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IEC

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization‘co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC js, to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fi
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical “Specif
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter .referred to

e subject dealt with may participate in this preparatory work. International, \governmental a

ement between the two organizations.

ormal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as‘'nearly as possible, an inte
ensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
ested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC National’ Committees undertake to apply IEC Pub

een any IEC Publication and the corresponding.national or regional publication shall be clearly ind
hiter.

mprising
promote
elds. To
cations,
hs “IEC

cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National, Committee interested

hd non-

rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.\IEC collaborateq closely
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with-conditions determined by

national
from all

National

mittees in that sense. While all reasonable efforts are madéyto ensure that the technical contenft of IEC

for any

ications

parently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any dilergence

cated in

tself does not provide any attestation of (conformity. Independent certification bodies provide cgnformity

asselssment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible| for any

serv
All'u

No |
mem
othe
exp¢g
Publ

Atte
indis|
Atte
pate

ces carried out by independent certifiCation bodies.
sers should ensure that they havesthe latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC op-its.'directors, employees, servants or agents including individual exp
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property da

cations.

tion is drawn te_the Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
bensable for thelcorrect application of this publication.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights N\EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

tional” Standard |IEC 61375-3-2 has been prepared by IEC Technical Commi

erts and
mage or

damage of any nature, whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
nses arising out of _the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

btions is

bject of

itee 9:

balecauinment and svustems for railwavs
bt L J J

This first edition cancels the clauses of the IEC 61375-2 first edition published in 2007
relevant to the specification of MVB conformance testing and constitutes a technical revision.

It was prepared taking into account the IEC 61375-3-1 first edition.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
9/1645/FDIS 9/1669/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of I[EC 61375 series, under the general title Electronic railway equipnent —
Train dJommunication network (TCN), can be found on the IEC website.

The cgmmittee has decided that the contents of this publication will remain uhchanggd until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iécich" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* recpnfirmed,

+ withdrawn,

* repjaced by a revised edition, or
+ amgnded.

IMPORTANT - The 'colour inside’ logo on thetcover page of this publication indicates
that it contains colours which are considered to be useful for the correct
understanding of its contents. Users should therefore print this document usfing a
coloun printer.



https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

61375-3-2 © |IEC:2012

-7

INTRODUCTION

TCN is an International Standard with the aim of defining interfaces so as to achieve plug-in
compatibility:

a) between equipment located in different vehicles, and

b) between equipment and devices located within the same vehicle.

One of the key success factors for the deployment of any technology is standardisation and
ensuring interoperability among various implementations. To facilitate interoperability a
conformance test should be implemented.

In this
specifi

bd.

part of IEC 61375, the conformace testing of the MVB defined in IEC 61375

This stiandard is structured into 5 clauses and 2 annexes.

The clduses and annexes are listed and briefly described in Table 1.

7

Annex A — Test laboratory role and

S¢
Ng
Te

Cd
re

Cq
de

Cq

Clause
ope
rmative references

rms and definitions

nformance test: approach,
juirements and boundaries

nformance test of an M\/\B
vice

nformance test of RTP

Table 1 — Document structure

Description
This clause desc¢ribes the scope of this standa
This clause_céntains a list of referred norms.

This clause introduces basic terms and abbrey,
reportedin IEC 61375-3-1.

This Clause is an overview of the methods of T
implementation verification that are available t
developer and regulatory personnel.

Supplies information concerning the ICS and |
forma(s).

+3-1 is

d and.

jations not

CN
b the

ITpPro-

This clause covers all tests on MVB devices thjat are

grouped by classes, from Class 0 up to Class 4
contents are:

the MVB PICS and PIXIT;
the MVB test suites;
the MVB test procedures.

This clause covers the conformance tests of re

. The main

al time

protocols

Conformance test of NM

client role

Annex B — Test instrumentation and

dedicated test beds

This clause covers network management services’ testing.

This annex is normative.

This annex is informative.
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ELECTRONIC RAILWAY EQUIPMENT -
TRAIN COMMUNICATION NETWORK (TCN) -

Part 3-2: MVB (Multifunction Vehicle Bus) conformance testing

1 Scope

This paH—e 3-F5—applies s SGHHPA
IEC 61375-3-1, i.e. it covers the procedures to
when the conformance should be proven.

and—devices—implemented—according to
be applied to such equipment and)devices

The applicability of this standard to a TCN implementation allows for individual conformance
checkipg of the implementation itself and is a pre-requisite for further interoperability chHecking
betwegn different TCN implementations.

NOTE 1| An example of TCN implementation is given in UIC 556.
2 Ngrmative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this documgnt and
are indispensable for its application. For dated referénceés, only the edition cited appli¢s. For
undategd references, the latest edition of the..referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60063: 1963, Preferred number series for tesistors and capacitors
Amendment 1:1967
Amendment 2:1977

IEC 60571: Electronic equipmentsed on rail vehicles
IEC 60807 (all parts), Rectangular connectors for frequencies below 3 MHz

IEC 61[375-2-1: Electronic railway equipment — Train Communication Network (TICN) -
Part 241: Wire Traim\Bus (WTB)

IEC 61[375-2-2:_JElectronic railway equipment — Train Communication Network (TICN) -
Part 242: Wire Train Bus conformance testing

4 Vs u

|EC 61 Z o | rs H oL H £ - H o H i Alat L f\N
L= 2ull BN LICULUIUIITG rarvday CYUIPITIcTIt rrairr wurrrrrrarireatrori INCTIVWUI'N \r -

Part 3-1: Multifunction Vehicle Bus (MVB)

ISO/IEC 8482: 1993, Information technology — Telecommunications and information exchange
between systems — Twisted pair multipoint interconnections

ISO/IEC 9646-1:1994, Information technology — Open Systems Interconnection —
Conformance testing methodology and framework — Part 1: General concepts (Also available
as ITU-T Recommendation X.290 (1995))

ISO/IEC 9646-7:1995, Information technology — Open Systems Interconnection —Conformance
testing methodology and framework — Part 7: Implementation Conformance Statements (Also
available as ITU-T Recommendation X.296 (1995))
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3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC 9646-1 and

IEC 61

375-3-1 apply.

4 Conformance test: approach, requirements and boundaries

4.1 Approach

This standard specifies a general methodology for testing the conformance to the TCN

protoc

| standard of products in which the standard is claimed to be implemented.

This s
testing

a) the
964
b) the
964
Annex
c) the
tes

d) the
rep,
dodg

In all ¢

andard is organised into clauses structured into different phases of the confor
process, these phases being characterised by the following roles:

specification of abstract test suites for particular TCN protocols accaording to 1S
6-1;

derivation of executable test suites and associated testing toels’according to I
6-7;

A specifies the rules on clients and laboratory specifying:

role of a client of a test laboratory, having an implementation of TCN protocol
ed;

operation of conformance testing, culminating ‘in the production of a conforman
umentation produced.

auses of this standard, the scope is limited in order to meet the following objecti

e) to Ichieve an adequate level of confidence in the tests as a guide to conformance;

f) to

chieve comparability betweenthe results of the corresponding tests applied in d

mance

5O/IEC

bO/IEC

5 to be

ce test

ort which gives the results in terms of.the test suite(s) used and the relevant

es:

fferent

plapes at different times;
g) to flacilitate communication between the parties responsible for the roles described gbove.
Each pbjective involvestithe framework for development of TCN test suites, as| listed
hereinafter:
h) how they shouldirelate to the various types of conformance requirement;
i) the|types of test to be standardised and the types not needing standardisation;
j) the|criteria for selecting tests for inclusion in a conformance test suite;
k) the|notation to be used for defining tests;
[) the structure of a test suite.
Certification, an administrative procedure which may follow conformance testing, is outside

the scope of this standard.

Requirements for procurement and contracts are outside the scope of this standard.

411

4.1.11

Requirements

General

In the context of TCN, a real system is said to exhibit conformance if it complies with the
requirements of applicable TCN standard clauses in its communication with a reference
system, i.e. the tester.
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A TCN standard is a set of interrelated clauses which, together, define behaviour of TCN
systems in their communication. Conformance of an IUT will, therefore, be expressed at two
levels, conformance to each individual clause, and conformance to the set of clauses.

The following clauses define the conformance requirements and classify them according to
attributes and into feasible groups. Attributes and grouping are defined from the general point
of view with reference to a TCN specification itself and from the IUT point of view. In the
second case, the requirement shall be declared in the appropriate PICS and PIXIT.

4.1.1.2 Conformance requirements

The conformance requirements can be:

a) mapdatory requirements: these are to be observed in all cases;

b) conditional requirements: these are to be observed if the conditions, set out.in-the ¢lause,
apply;

c) options: these can be selected to suit the implementation, provided thiat’any requirgments
applicable to the option are observed.

TCN epsential functionality are mandatory requirements; additional functionality can bqg either
conditipnal or optional requirements.

Furthefmore, conformance requirements in a Part can be stdted:

d) pogitively: they state what shall be done;
e) negatively (prohibitions): they state what shall not.be done.

Finally}] conformance requirements fall into two_gtoups:

f) stalic conformance requirements;

g) dyrjamic conformance requirements;

these are discussed in 4.1.1.3 and 4.1.1.4, respectively.

4.1.1.3 Static conformance’ requirements

To fadilitate interoperability static conformance requirements define the allowed minimum
capabilities of an imptementation. These requirements may be at a broad level, such|as the
grouping of functional:units and options into protocol classes, or at a detailed level, su¢h as a
range of values that’have to be supported for specific parameters of timers.

Static gonferniance requirements and options in TCN parts can be of two varieties:

a) thoge.,which determine the capabilities to be included in the implementation |of the
particular protocol;

b) those which determine multi-layer dependencies, for example those which place
constraints on the capabilities of the underlying layers of the system in which the protocol
implementation resides. These are likely to be found in upper layer parts (e.g. network
management vs real time protocols).

All capabilities not explicitly stated as static conformance requirements are to be regarded as
optional.

41.1.4 Dynamic conformance requirements

Dynamic conformance requirements are all those requirements (and options) which determine
what observable behaviour is permitted by the relevant TCN part in instances of
communication. They form the bulk of each TCN protocol document. They define the set of
allowable behaviours of an implementation or real system. This set defines the maximum


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

61375-3-2 © |IEC:2012 -1 -

capability that a conforming implementation or real system can have within the terms of the
TCN protocol document.

A system exhibits dynamic conformance in an instance of communication if its behaviour is a
member of the set of all behaviours permitted by the relevant TCN protocol part in a way
which is consistent with the PICS.

4.1.1.41 A conforming system

A conforming system or implementation is one which is shown to satisfy both static and
dynamic conformance requirements, consistent with the capabilities stated in the PICS, for

each Wﬁm@.&uﬂm&.ﬂaﬁmﬂm—
4.1.1.4.2 Interoperability and conformance

The pfimary purpose of conformance testing is to increase the probability,that different
implementations are able to inter-operate.

Succesgsful interoperability of two or more real open systems is more_likely to be achipved if
they al|l conform to the same subset of a TCN part, or to the same)selection of TCN| parts,
than iffthey do not.

To prdpare two or more systems to successfully inter-operate, it is recommended |that a
comparison is made of the system conformance statements and PICSs of these system

U7

If therp is more than one version of a relevant\TCN part indicated in the PICSs, the
differences between the versions need to ‘He identified and their implicatiops for
considpration, including their use in combination/with other parts.

While conformance is a necessary condition, it is not on its own a sufficient condi|lion to
guarantee interoperability capability. Even if two implementations conform to the samje TCN
protocol part, they may fail to interoperate because of factors outside the scope pf this
standard.

Trial interoperability is recommended to detect these factors. Further information to| assist
interoperability between iwQ systems can be obtained by extending the PICS compar|son to
other relevant information,~including test reports and PIXIT. The comparison can focus ¢n:

a) additional mechanisms claimed to work around known ambiguities or deficiencies pot yet
corrected in the TCN standard or in peer real systems, for example solution of multi-layer
propblems;

b) selgction of free options which are not taken into account in the static conformance
requitements of the TCN parts;

c) the existence of timers not specified in the TCN parts and their associated values.

NOTE The comparison can be made between two individual systems, between two or more types of product, or,
for the PICS comparison only, between two or more specifications for procurement, permissions to connect, etc.

4.1.2 Requirements declaration statements for an IUT
4.1.2.1 Protocol implementation conformance statement (PICS)

To evaluate the conformance of a particular implementation, it is necessary to have a
statement of the capabilities and options which have been implemented, and any features
which have been omitted, so that the implementation can be tested for conformance against
relevant requirements, and against those requirements only. Such a statement is called a
Protocol Implementation Conformance Statement (PICS).
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In a PICS there should be a distinction between the following categories of information which
it may contain:

a)

b)

information related to the mandatory, optional and conditional static conformance
requirements of the protocol itself;

information related to the mandatory, optional and conditional static conformance
requirements for multi-layer dependencies.

If a set of interrelated TCN protocol has been implemented in a system, a PICS is needed for
each protocol. A system conformance statement will also be necessary, summarising all
protocols in the system for each of which a distinct PICS is provided.

4.1.2.2 Protocol implementation extra information for testing (PIXIT)

In ordgr to test a protocol implementation, the test laboratory will require information relating
to the [UT and its testing environment in addition to that provided by the PICS") This "Pfotocol
Implementation eXtra Information for Testing” (P1XIT) will be provided by thé-¢lient submitting

the implementation for testing, as a result of consultation with the test laboratory.

The PIKIT may contain the following information:

a)

b)

c)

d)

The PIXIT should not conflict with therappropriate PICS.

infgrmation needed by the test laboratory in order to be able-to run the approprigte test
suife on the specific system (e.g. information related to the\test method to be used|to run
the|test cases, addressing information);

infgrmation already mentioned in the PICS and which' needs to be made precise (e.g. a
timer value range which is declared as a parameter in the PICS should be specifieq in the
PINIT);

infgrmation to help determine which capabilities stated in the PICS as being supporied are
testable and which are untestable;

other administrative matters (e.g. the IUT identifier, reference to the related PICS).

The albjstract test suite specifier,test implementor and test laboratory will all contribute to the

development of the PIXIT pro-forma.

4.2

4.2.1 General

Boundaries

Conformance_testing as discussed in this standard is focused on testing for conformgnce to

TCN clausestas they are specified in IEC 61375-3-1.

In prin"ilnlp the objective of confarmance testing is to establish whether the implementation
being tested conforms to the specification in the relevant clause. Practical limitations make it
impossible to be exhaustive, and economic considerations may restrict testing still further.

Therefore, this standard distinguishes four types of testing, according to the extent to which
they provide an indication of conformance:

basic interconnection tests, which provide prima facie evidence that an IUT conforms;

capability tests, which check that the observable capabilities of the IUT are in accordance
with the static conformance requirements and the capabilities claimed in the PICS;

behaviour tests, which endeavour to provide testing which is as comprehensive as
possible over the full range of dynamic conformance requirements within the capabilities
of the IUT;
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d) conformance resolution tests, which probe in depth the conformance of an IUT to
particular requirements, to provide a definite yes/no answer and diagnostic information in
relation to specific conformance issues; such tests are not covered by this standard.

Tests a), b), ¢) and d) are described in detail in the following subclauses.

Relations to interoperability and performance are hereinafter considered and defined to clarify
their boundaries.

4.2.2 Basic interconnection tests

Basic interconnection tests provide limited testing of an IUT to establish that there is sufficient
conforinance for interconnection to be possible, without trying to perform thorough testing.

4.2.2.1 Applicability of basic interconnection tests
Basic interconnection tests are appropriate:

a) for|detecting severe cases of non-conformance;
b) as p preliminary filter before undertaking more costly tests;

c) to give a prima facie indication that an implementation which has passed full confofmance
tests in one environment still conforms in a new environment (e.g. before testing an (N)-
imglementation, to check that a tested (N — 1)-implementation has not undergope any
se\lere change due to being linked to the (N)-implementation);

d) for|use by users of implementations, to determine_ whether the implementations appear to
be Jusable for communication with other conforming implementations, for example as a
preliminary to data interchange.

Basic interconnection tests are inappropriate!

e) as p basis for claims of conformance by the supplier of an implementation;

f) as p means of arbitration to determine causes for communications failure.

Basic |nterconnection tests are:standardised a subset of a conformance test suite (in¢luding
capability and behaviour tests). They can be used on their own or together Wwith a
conforlnance test suite. The existence and execution of basic interconnection tegts are
optional

4.2.3 Capability'tests

Capabllity tests™provide limited testing of each of the static conformance requirements in a
Part, tp ascertain what capabilities of the IUT can be observed and to check thafl those
observiable.capabilities are valid with respect to the static conformance requirements gnd the
PICS.

4.2.31 Applicability of capability tests
Capability tests are appropriate:

a) to check as far as possible the consistency of the PICS with the IUT;
b) as a preliminary filter before undertaking more in-depth and costly testing;

c) to check that the capabilities of the IUT are consistent with the static conformance
requirements;

d) to enable efficient selection of behaviour tests to be made for a particular |UT;
e) when taken together with behaviour tests, as a basis for claims of conformance.

Capability tests are inappropriate:
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f) on their own, as a basis for claims of conformance by the supplier of an implementation;

g) for testing in detail the behaviour associated with each capability which has been
implemented or not implemented;

h) for resolution of problems experienced during live usage or where other tests indicate
possible non-conformance even though the capability tests have been satisfied.

Capability tests are standardised within a conformance test suite. They can either be
separated into their own test group(s) or merged with the behaviour tests.

4.2.4 Behaviour tests

Behavi ;
dynamjc conformance requirements specified in a Part. Since the number of ppssible
combinations of events and timing of events is infinite, such testing cannot be(exhaustive.
There |s a further limitation, namely that these tests are designed to be run collectivgly in a
single [test environment, so that any faults which are difficult or impossible, to“detect |in that
enviropment are likely to be missed. Therefore, it is possible that a-non-confprming
implementation passes the conformance test suite; one aim of the tést’suite desigh is to
minimise the number of times that this occurs.

Behaviour tests with capability tests are the basis for the conformance assessment progess.

Behaviour tests are inappropriate:

a) for|resolution of problems experienced during livesusage or where other tests indicate
pogsible non-conformance even though the behaviour tests have been satisfied.

Behaviour tests are standardised as the bulk of @ conformance test suite.

NOTE PBehaviour tests include tests for valid behaviour by the IUT in response to valid, inopportine and
syntacti¢ally invalid protocol behaviour by the real(tester. This includes testing the rejection by the IUT of attempts
to use fg¢atures (capabilities) which are stated in.the PICS as being not implemented. Thus, capability tests do not
need to jnclude tests for capabilities omitted from the PICS.

4.2.5 Conformance resolution tests

Conformance resolution tests provide diagnostic answers, as near to definitive as possjble, to
the redolution of whethercan implementation satisfies particular requirements. Becaus¢g of the
problems of exhaustiveness, the definite answers are gained at the expense of confining tests
to a ngqrrow field.

The te$t architecture and test method will normally be chosen specifically for the requirgments
to be testedand need not be ones that are generally useful for other requirements. The¢y may
be, lones that are regarded as being unacceptable for (standardised) apstract
ance test suites, for example involving implementation-specific methods using, say,

y

The distinction between behaviour tests and conformance resolution tests may be illustrated
by the case of an event such as a reset. The behaviour tests may include only a
representative selection of conditions under which a reset might occur, and may fail to detect
incorrect behaviour in other circumstances. The conformance resolution tests would be
confined to conditions under which incorrect behaviour was already suspected to occur, and
would confirm whether or not the suspicions were correct.

Conformance resolution tests are appropriate:

a) for providing a yes/no answer in a strictly confined and previously identified situation (e.g.
during implementation development, to check whether a particular feature has been
correctly implemented, or during operational use, to investigate the cause of problems);
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b) as a means for identifying and offering resolutions for deficiencies in a current
conformance test suite.

Conformance resolution tests are inappropriate:
c) as a basis for judging whether or not an implementation conforms overall.

Conformance resolution tests are not standardised. As a by-product of conformance testing,
errors and deficiencies in protocol parts may be identified.

4.2.6 Interpretation of clauses/subclauses and statements

The TEN-deseribed—rtECE437+5-3-1is—subjectto—a—soriofinterpretation—te—transtate some
clausep/subclauses and requirements into realisable test suites. The complexity of mogt TCN
protocpls makes exhaustive testing impractical on both technical and economic grounds. To
cope with a real implementation and extract from IEC 61375-3-1 all the relevant tedts and
some ¢riteria were used. The criteria were grouped according to their characteristics:

)

imperatives;

T

illustrative;

o o

)

)

) dirgctives;
) optjons;

)

)

wegk phrases.

The following subclauses describe the criteria.

4.2.6.1 Imperatives

Impergtives are those words and phrases commanding that something shall be provided and
are classified as mandatory. They are:

a) shall — dictates the provision of a functional capability;

b) must or must not — establishesperformance requirements or constraints;

c) is fequired to — is a specification statement written in the passive voice;

d) are applicable — includes, by reference, standards or other documentation as an addition
to the requirements being specified;

e) responsible for ~ ~is a requirement written for architectures already defined. |As an
exgdmple, " In extended reply delay applications, the master is responsible for spac|ng the
mapter frames_so that the minimum time to transmit to a slave frame and the fo[lowing
mapter frame)is greater than T_safe..";

f) ent are

, it will
master

g) should - when it is used, the specification statement is considered to be very weak. For
example, " Devices supporting the message data capability should have a device address
smaller than 256.".

Continuance

Phrases that follow an imperative and introduce the specification of requirements at a lower
level, for a supplemental requirement count.

a) as follows,
b) below,

c) following,
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d) in particular,
e) listed,

f)  support.

Phrases that introduces temporal indication, that may lead to definite or indefinite actions, or

enumerative that may lead to infinite test cases. See Table 2.

Table 2 — Continuance indication

Statement Example

1 | for gaeh ARV —Sei-identifics-a-set-of-variables-belenging-to-the-same-dataset—ineludingfereach
variable the Memory_Address where it should be copied to (or from), and including|for the
whole dataset the Freshness_Time.)

2 | while While sending BD packets, the producer filters incoming BR packets and starts
retransmission after insertion of a transmission pause (PAUSE_TMO in‘addition to [the
normal SEND_TMO)

The rgquirement containing temporal or enumerative is tested with :a finite time of finite

sample.

4.2.6.2 lllustrative

This is|information within the requirements document. The data and information pointed to by

iIIustraLive strengthen the document's specification statements and whenever possiljle are

used as sample category input for the test. Namely:

a) figure;

b) tal]Ie;

c) example;

d) note.

4.2.6.3 Options

Optionp is the category of words that give the developer latitude in satisfying the specification

statements that contain_them. This category clearly forms the basis for the option statgments

declaration into the PICS. However, those requirements containing such a category of

words

loosen|the specification, increase the risk of non-interoperability, and widen the tests s¢g
a) can (Example; Gateways with Bus_Administrator capability can synchronise the bus
b) maly (Example: Class 5 devices may offer the Bus_Administrator capability.);

c) optiohally (Example: The User_Programmable capability is optional.);

d) ex mpie. while the U Naming the node

frame but not to the status request, or sends a wrong naming response frame).

Options shall drive the PICS production.

4.2.6.4 Weak statements

haming

Weak statements are apt to cause uncertainty leaving room for multiple interpretations, such
wording provides a basis for expanding a requirement or adding future requirements. For the

extent of testing, this category generates test with test cases chosen among a represe
set of samples. However, by no means such sets fully represent all significant cases fo
by the clause under test. They are as shown in Table 3.

ntative
reseen
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Table 3 — Weak statements

Phrases with

Example

adequate The transmitter and the receiver connector shall be adequately identified,
preferably:
« light grey for the transmitter;
» dark grey for the receive.

be able to The link layer as well as the application shall be able to access a port consistently,
i.e. write or read all its data in one indivisible operation

be capable A device with double-line attachment shall be capable of being attached to both a
single-line or to a double-line EMD segment, as shown in Figure 56

effective The entity which effectively accesses the objects in each layer is called the [Layer
Management Entity, or LME

normal While sending BD packets, the producer filters incoming BR packets and starts
retransmission after insertion of a transmission pause (PAUSE_TMOQO in add|tion to
the normal SEND_TMO.

provide for The Application Layer for Variables (AVI) shall provide fon Cluster access the

following primitives, illustrated in Figure 14 and specifiedin the following
subclauses

4.2.7 Relation to interoperability

One of the aims of this conformance test is to lead tofcomparability and wide acceptgnce of
test rgsults produced by different testers, and thefeby minimise the need for repeated
confor]:ance testing of the same system. Interoperability plays a principal role, since the

confor

ance test is aimed to facilitate interoperability, it has been taken into account with the
domains shown in Table 4:

Table 4 — Relation to interoperability

Applicat|on interoperability the ability of T’CN to provide a consistent implementation of the syntax and

semantics-'of-the data which are interchanged

Protocoll interoperability

the ability of TCN to interchange PDUs via the communications platform

Service jnteroperability

the ability of TCN to support a subset of its intended services

User pefceived
interopefability

the ability of the service user (human, application, machine) to exchange information
via the TCN

No propision is'made in this standard to implement or recommend an interoperability test.

4.2.8 Relation to performance test

Performance attributes relate deeply on services given by the TCN, even though this
conformance test does not intend to implement a performance test, nevertheless performance
attributes were taken into account in the way shown in Table 5:

Table 5 — Relation to performance test

This performance attribute describes the time interval that is used to perform the function or
the rate at which the function is performed. (The function may or may not be performed with

Speed the desired accuracy.). An example of speed attribute evaluation is: freshness time
supervision test
This performance attribute describes the degree of correctness with which the function is
Accuracy performed, no matter if the function is or is not performed with the desired speed. An

example of accuracy evaluation is: the receiver hysteresis test

Dependability

This performance attribute describes the degree of certainty (or surety) with which the
function is performed regardless of speed or accuracy, but within a given observation
interval. An example of dependability attribute evaluation is: Connection stability for the
entire inauguration time
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No provision is made in this standard to implement or recommend a performance test as it is
defined by IEC 60571.

4.3 Conformance assessment process outline
4.3.1 General

The main feature of the conformance assessment process is a configuration of equipment
allowing exchanges of information between the IUT and a real tester. These are controlled
and observed by the real tester.

In a conceptual outline, conformance testing should include several steps, involving both
static gonformance reviews and live testing phases, culminating in the production (of| a test
report which is as thorough as is practical.

These |steps are:

e compilation of the PICS;

e compilation of the PIXIT;

o tesf selection and parameterisation;

e bagic interconnection testing (optional);
e capability testing;

e behaviour testing;

e revjew and analysis of test results;

e synthesis, conclusions and conformance test.report production.

4.3.2 Analysis of results, outcomes and verdicts

The olbpserved outcome (of the test execution) is the series of events which have ogcurred
during [execution of a test case; it in¢ludes all input to and output from the IUT at the pqgints of
control and observation.

The fgreseen outcomes are .identified and defined by the abstract test case specification
taken [n conjunction withithe protocol Part. For each test case, there may be one of more
foreseg¢n outcomes. Foreseen outcomes are defined primarily in abstract terms.

A ver:lict is a statement of pass, fail or inconclusive to be associated with every fofeseen
outcone in the abstract test suite specification.

The ar:ralysis of results is performed by comparing the observed outcomes with fofeseen
outcones

The verdict assigned to an observed outcome is that associated with the matching foreseen
outcome. If the observed outcome is unforeseen then the abstract test suite specification will
state what default verdict shall be assigned.

The means by which the comparison of the observed outcomes with the foreseen outcomes is
made is outside the scope of this standard.

NOTE Amongst the possibilities are:
a) manual or automated comparison (or a mixture);
b) comparison at or after execution time;

c) translating the observed outcomes into abstract terms for comparison with the foreseen outcomes or translating
the foreseen outcomes into the terms used to record the observed outcomes.


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

61375-3-2 © |IEC:2012 -19 -

The verdict will be pass, fail or inconclusive:

pass means that the observed outcome satisfies the test purpose and is valid with respect to the relevant TCN
Parts and with respect to the PICS;

fail means that the observed outcome is syntactically invalid or inopportune with respect to the relevant TCN
Parts or the PICS;

inconclusive means that the observed outcome is valid with respect to the relevant TCN Parts but prevents the
test purpose from being accomplished.

The verdict assigned to a particular outcome will depend on the test purpose and the validity
of the observed protocol behaviour.

The vérdicts made in respect of individual test cases will be synthesised into an
onink:

5

5.1

PICS
and li

It contains two types of questions:

5.1.1
PICS &

Cc

qug

n!rro-forma is a set of tables containing questions to be answered by an implen

ry for the IUT based on the test cases executed.

)nformance test of an MVB device

PICS

itations on the possible answers.

stions to be answered by either "YES" or "N@?, felated to whether a clause (1

Th
req

qus

frequencies, etc.). The legitimate range of variation of this value, which reflects th
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Ref.

Su
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fro¥w a macroscopic functional unit to a microscopic one) has been implemented
u

allowed answers, which reflect the base specification, are documented in the P
irement; the answers constitute the support;

stions on numerical values implemented (for timers, for sizes of messagy
cification, is given in IEC 61375+3-1. The answers constitute the supported valug
Instructions for filling the PICS pro-forma

re organised in tables.Columns in the tables are:

pported subclalse
pbported capability
uirement

lementation

overall

henter,

anging
or not.
CS as

bs, for
e base
S.
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ameter values

5.1.11

Abbreviations

The following abbreviations are used in this PICS pro-forma:

m:

mandatory

n/a: not applicable

O:

z <X an

optional

conditional
default
yes

no
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5.1.1.2 Ref. column

This column is used for reference purposes inside the PICS

5.1.1.3 Supported subclause column

This column gives the mapping between IEC 61375-3-1 and the corresponding entry in the
PICS.

5.1.1.4 Supported capability column

The capability is supported if the Implementation Under Test (IUT) is able to:

e generate the corresponding service parameters (either automatically or because ‘the end
usgr explicitly requires that capability);

e intgrpret, handle and when required make available to the end user the |corresppnding
serjice parameter(s).

5.1.1.5 Requirement column

This cglumn indicates the level of support required for conformance te IEC 61375-3-1.

The values are as follows:

m mandatory support is required;

o} gptional support is permitted for conformance t0 the IEC 61375-3-1. If implemgnted it
ghall conform to the specifications and resttictions contained in the relevant ¢lause.
These restrictions may affect the optionality of other items;

c the item is conditional, the support of\this item is subject to a predicate which is
referenced in the note column;

n/a the item is not applicable.

If optigns are not supported the carresponding items shall be considered as not applicable.

5.1.1.6 Implementation celumn

This cglumn shall be completed by the supplier or implementer of the IUT. The pro-forma has
been designed so thatthe only entries required in its own column are:
Y: yes, the itemhas been implemented;

N: no, the item has not been implemented;

- the jtemis not applicable.

|n the 1S nro-forma-tahlac ovary laadina itam markad '"m' chanld ha ciinnariad hy {'Pe IUT
oo—pro—+oHa—tapreS—every—reaath gHem—mahcea——SHRetha—be—SHpportea—my—+ .

Sub-items marked 'm' should be supported if the corresponding leading feature is supported
by the IUT.

5.1.1.7 Parameter values columns
51.1.71 Allowed min.

This column is already filled and indicates the minimum value for a parameter.

5.1.1.7.2 Default value

This column indicates the default value for a parameter. When |IEC 61375-3-1 defines the
default for the parameter, such a value is used as the entry in this column. When the standard
recommends a range, the mean value is used.
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5.1.1.7.3 Allowed max.

This column is already filled and indicates the maximum value for a parameter.

5.1.1.7.4 Implemented value

This column shall be completed by the supplier or implementer. The pro-forma has been
designed so that the entry required is the implemented value. In case of multiple values, the
default value shall be chosen.

5.1.2 PICS tables

5.1.2.1 Identification of PICS

The following table is intended to be filled in order to identify the pro-forma.

Ref. Ngd. Question Response
1 Date of statement
2 PICS serial number

5.1.2.2 Identification of the implementation under test

The following table shall be filled in to identify the implementation under test.

Ref. Ng. Question Requirement Response
1. Implementation name m
2 Version number m
3. Special configuration o
4 Power supply m
5 Other information o

NOTE 1 Implementation name refers to the identifier of the IUT as indicated by the client. The kpecific
conformpnce test shall be applied to the entity identified by the implementation name.

NOTE 2| This is the version number ofjthe IUT.
NOTE 3| The special configuratien should be indicated if PIXIT is provided for this IUT.

NOTE 4 The power supply should be indicated the applicable power supply. The power supply is |chosen
amongs{ the values specified by EN 50155.

NOTE 5| Other information the client considers relevant for IUT identification.

5.1.2.3 Identification of the IUT supplier and/or test laboratory client

The following table shall be filled in to identify the IUT supplier and the test laboratory c|ient.

Ref. No. Question Requirement Response
1. Organisation name m
2 Contact name(s) m
3. Address: m
4, Telephone number? m
5 Fax number’ m
6. e-mail address" m
7. Other information” m

Fill in if the information is available.
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5.1.2.4 Identification of the standard
The following table shall be filled in to identify the standard applied to the IUT for the
conformance test.
Ref. No. Question Requirement Response
1 Title m
2 Reference number m
3 Date of publication m
4 Version number m

5.1.2.j_mnce
This taple shall be filled in by the IUT supplier in the “Implementation” column

Ref. Nd. Question Requirement Implementation
1 Are all mandatory capabilities implemented? m [ .4
NOTE RAnswering "No" to this subclause indicates non-conformance to the protocol,spécification. Non-supported

mandatdry capabilities are to be identified in the PICS, with an explanation of why ‘the implementation [is non-
conform|ng.
5.1.2.6 Device classes

This tgble shall be filled in by the IUT supplier in ordexrto identify the device class of the IUT.

An IUT implementing more than one class shall test each interface to determine to| which
class if belongs.
Ref. Ng. Subclause Capability Implementation
1 422 Class 0 [ ]
2 423 Class 1 [ ]
3 4.2.4 Class 2 [ ]
4 4.2.5 Class 3 [ ]
5 4.2.6 Class 4 []
6 42.7 Class 5 [ ]
5.1.2.7 Class 0

This tgble shall\be filled in by the IUT supplier if the device class declared in the “Device
classes” table-is Class 0.

Ref. Ng. Subclause) Capability Implementation

1 4.6.7 Active_Star_Coupler [ 1]

2 4.6.7 (refer to NOTE) Star_coupler [ 1]

3 4.3 Repeater [ 1]

4 4.4.31 ESD backplane [ 1]

5 4421 ESD cable [ 1]

6 4521 EMD cable [ 1]
5.1.2.8 Class 1

This table shall be filled by the IUT supplier if the device class declared in the “Device
classes” table is Class 1.
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Ref. No. Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.2.3 Device status m [ 1]
2 4.2.3 Process data m [ 1]
5.1.2.9 Class 2

This table shall be filled in by the IUT supplier if the device class declared in the “Device

classes” table is Class 2.

Ref. No. Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.2.4 Device status m L°]
2 4.2.4 Process data m D1
3 4.2.4 Message data m [ 1]
4 4.2.1 Network management (TNM) m [ ]
5.1.2.10 Class 3

This tgble shall be filled in by the IUT supplier if the device<class declared in the

classe$” table is Class 3.

“

Device

Ref. Nd. Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.2.5 Device status m [ 1]
2 4.2.5 Process data m [ 1]
3 4.2.5 Message data m [ 1]
4 4.2.5 User programmable m [ 1]
5 4.2.1 Network management (TNM) m [ 1]
5.1.211 Class 4

This tgble shall be filled in byJthe IUT supplier if the device class declared in the

classe$” table is Class 4.

Device

Ref. Ng. Subclause Capability Requirement Implementation

1 4,26 Device status m [ 1]

2 4.2.6 Process data m [ 1]

3 4.2.6 Message data m [ 1]

4 4.2.6 User programmable (TNM) o] [ 1]

5 71278 Bus—admministrator s 1

6 4.2.1 Network management (TNM) m [ 1]
5.1.2.12 Class 5

This table shall be filled in by the IUT supplier if the device class declared in the “Device

classes” table is Class 5.

Note that the test of the TCN gateway is not covered by this standard due to incomplete

specification in IEC 61375-1.

Ref. No. Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.2.7 Device status m [ 1]
2 4.2.7 Process data m [ 1]
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Ref. No. Subclause Capability Requirement Implementation
3 4.2.7 Message data m [ 1]
4 4.2.7 User programmable o] [ 1]
5 4.2.7 Bus administrator o] [ 1]
6 427 TCN-gateway® m =

*This test is purposely crossed out to make evidence that TCN gateway test is not covered.

5.1.2.13 Segment
This table shall be filled in by the IUT supplier to declare which type of bus segment the
devicelis designed to be attached to.
Ref. Nd. Subclause Capability Requirement Implementation

1 4.1.1 ESD o [ 1]

2 441 OGE*® o =1

4.1.1 EMD o [ 1]

NOTE Pne of the given capabilities should be chosen and for the conformance_test)purpose, the chosen gapability

is consi
@ This te)

ered mandatory (m).

st is purposely crossed out to make evidence that OGF is not covered.

5.1.21

4 Redundancy

This tgble shall be filled by the IUT supplier to, declare if the IUT implements the double-
segmept attachment and line redundancy.
Ref. Nd. Subclause Capability Requirement Implementation

1 4.1.3 Physical redundancy media o [ ]
5.1.2.15 Redundancy configuration
This ble shall be filled ‘i by the IUT supplier if in the previous table, ¢olumn
“Implementation”, the implementation is Y.
Ref. Ng. Subclause Capability Requirement Implementation

1 4.5.4:2 Is line A marked? m [ 1]

2 4.5.4.2 Is line B marked? m [ 1]
5.1.2.16 {» Device address

This table shall be filled in by the IUT supplier declaring the device address of the IUT as
supplied for this test.

Ref. No. | Subclause Capability Requirement Implementation value
1 711 Device_Address m
5.1.2.17 Timing general values

This table shall be filled in by the IUT supplier who shall declare the implementation values of
the Timing General Values.

All boundaries are derived from the IEC 61375-3-1 and they refer to the ALLOWED range.
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Ref. No. Sub- Capability Require- Allowed min. Default Allowed Implemen-
clause ment value max. tation
1 4.3.2 T_reply_max m T_reply_def = T_reply_def = T_reply_def =
6.2.2 42,7us. 42,7us. 66,6 us.
2 6.2.4.1 | T_ignore m T_ignore = 1us. | T_ignore = T_ignore =
T_reply_def 255 ps.
3 6.2.5 T_alive m T_alive = T_alive = -
1,3 ms 1,3 ms
4 6.2.4.1 | T_safe m T_safe = T_safe = -
T_reply_def T_reply_def

nd 5 onty

This table shall be filled in by the IUT supplier who shall declare the implementation vaJues of

the scan rate value. The IUT supplier shall declare the tolerance, expressed as a’percentage
of the geclared value. This table applies only to Class 4 and Class 5 devices.
Ref. No| | Subclause | Capability Requirement Default value Implementation
1 8.4.3 Scan Rate m Scan Rate = 64 devices every
512,0 ms.
5.1.2.19 Network manager agent services

This tdble shall be filled in by the IUT supplier who shalldeclare the network manage

servicgs implemented.

agent

Ref. Nd. Subclause Capability Requirement Implementation
1 8.4.2.4.2 of WRITE_RESERVATION (03) m [
IEC 61375-2-1
2 8.4.3.1 of READ_MVB:STATUS (10) m |
IEC 61375-2-1
3 8.4.3.3 of READ-MVB_DEVICES (12) m [
IEC 61375-2-1

ESD section option

5.1.2.10
This s@ibclause applies(only if the response Y is given at the line referred to as 1 in 5.

1.2.13.

One of the given capabilities should be chosen and for the conformance test purpgse the
chosern capability is\eonsidered mandatory (m) .
Ref. Nq. Subclause Capability Requirement Implementation
1 Backplane bus used o] [N
2 Cable used o] [N
5.1.2.20.1 ESD backplane

This subclause applies only if the response Y is given at the line referred to as 1 in the tables
of 5.1.2.20 and 5.1.2.7 reference 0.

Ref. No. | Subclause Capability Requirement Allowed Allowed Implementation
min. max.
1 4.4.3.1 Extension of |c—5.1.2.20 Ref. 1 - 10 cm. [ ]
a stub
2 4.4.3.1 Pitch ¢ —5.1.2.20 Ref. 1 2,0 cm. 20 m. [ 1]
between
adjacent taps
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5.1.2.20.2 ESD cable

This subclause applies only if the response Y is given at the line referred to as 2 in the table
of 5.1.2.20.

Ref. No. | Subclause Capability Requirement Allowed min. | Allowed max. | Implementation
1 4.4.3.2 Equipotential | ¢ — 5.1.2.20 Ref. 2 0,34 mm? 0,56 mm? [ 1]
wire (AWG 22) (AWG 20)
Ref. No. | Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.4.3.1 Equipotential wire identification for LINE_A c—5.1.2.20 Ref. 2 [ ]
2 4.4.31 Equipotential wire identification for LINE_B c—5.1.2.20 Ref. 2 A1

5.1.2.20.2.1 ESD cable confectioned

Ref. Ng. Clause Capability Requirement Implementation
1 4.4.4 Shield connected to the casing of each c—5.1.2.20 Ref.\2 [11]
connector
2 4.4.4 Shield connected to the casing of each c—-5.1,2.20°Ref. 2 [11
conductive connector

5.1.2.10.3 ESD load

This slibclause applies anyway if the response Y is givén at the line referred to as 1 jor 2 in
the tabjle of 5.1.2.20. This part is a declaration by the\client, not subject to testing.

Ref. Nq. Subclause Capability Requirement Implementation

1 4.4.6.2 Conform to ISO/JEC"8482 (RS-485). m [ ]

5.1.2.21 ESD connector

This tgble shall be filled in by the'IUT supplier who shall declare how the connection|to the
ESD s¢gment is implemented(

5.1.2.21.1 Cable side

Ref. Nq. Subclause Capability Requirement Implementation
1 44252 Line_A 9-pin and LINE_B Sub-D 9 m [ 1]
connectors using metric screws
(IEC 60807)
2 4.45.2 Connector_1 Cable female m [ ]
3 4.45.2 Connector_2 Cable male m [ ]
4 4452 Shielding m [ ]
5 4.45.2 Conductive casing connected to the m [ 1]
cable shield
6 4.45.2 Makes an electrical contact with the m [ 1]
receptacle when fastened
5.1.2.22 Receptacle side
Ref. No. Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.45.2 Line_A and Line_B use 9 pin Sub-D m [ 1]
9 receptacle called mVB-S1
2 4.45.2 MVB-S1 receptacle has metric m [ 1]
screws (IEC 60807)
3 4.45.2 MVB-S1 receptacle male m [ 1]
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Ref. No. Subclause Capability Requirement Implementation
4 4,452 Line_A and Line_B use 9 pin Sub-D m [ 1]
9 receptacle called mVB-S2
5 4.45.2 MVB-S2 receptacle has metric m [ 1]
screws (IEC 60807)
6 4.45.2 MVB-S2 receptacle female [ 1]
7 4,452 Shielding [ 1]
8 4.45.2 Conductive casing connected to the [ 1]
cable shield
9 4.45.2 Makes an electrical contact with the m [ 1]
receptacle when fastened
5.1.2.23 EMD section
This stibclause applies only if the response Y is given at the line referred to,as item 3) in
5.1.2.13.
5.1.2.23.1 EMD cable
Ref. Nd. | Subclause Capability Requirement Imglementation
1 4.5.4.1 Shielded cable m ]
2 4.5.4.1 Jacketed cable m ]
3 4.5.41 Twisted pair m ]
4 4.5.4.2 Individual wires marked distinctly® m ]
5 4.5.4.2 Line A identified as: m ]
A.Data_P A.Data_N
6 4.5.4.2 Line B identified as: m ]
B.Data_P B.Data_N
*The twq pairs of wires may be geometrically laid out as a quadruple, in this case, diagonal wires should fofm one pair.
Ref. Nd. | Subclause Capability Requirement Allowed min. Allowed max. Imglementation
1 4541 Cross-section m 0,34 mm? 0,56 mm?2 [ 1]
wine (AWG 22) (AWG 20)
2 4541 Twist per metre 12 - [ 1]
Ref. Ng. | Subclause Capability Requirement Value Imglementation
1 45.4.3 Impedance m Zw = 120,0 Q (+10 %) between [ ]
0,5 BR and 2,0 BR
2 4.5.4.4 Attenuation Less than 15,0 dB/km at 1,0 BR [ 1]
3 4.5.4.4 Attenuation Less than 20,0 dB/km at 2,0 BR [ 1]
4 4.5.4.5 Distributed Less than 46 pF/m at 1,0 BR [ ]
capacitance
5 4.5.4.6 Capacitive m Less than 1,5 pF/m at 1,0 BR [ 1]
unbalance to
shield
6 4.5.4.7 Crosstalk m Greater than 45,0 dB between 0,5 [ 1]
to 2,0 MHz
7 4548 Transfer m Less than 20,0 mQ/m at 20,0 MHz [ 1]
impedance
8 4.5.4.8 Differential m Less than 2,0 mQ/m at 20,0 MHz [ 1]
transfer
impedance
9 4.5.4.9 | Continuity of wires m Less than 10,0 mQ/m [ 1]
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5.1.2.23.2 EMD line attachment
Ref. No. | Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.5.6.1 Passive tap attachment m [ 1]
2 4.5.51 Shield continuity m [ 1]
3 4.5.51 Case of device connected to receptacle m [ 1]
4 4551 Means to connect the shield to its device ground m [ 1]
5 4.5.6.2 Double-line attachment o] [ 1]
Ref. Ngd. | Subclause Capability Requirement Allowed min. Allowed max. Impglementation
1 4.5.6.1 Length of stub m - 10,0 cm [ 1]
5.1.2.23.3 EMD connector
The following cable side and receptacle side tables shall be filled by, the IUT supplier who
shall declare how the connection to the EMD segment is implemented:
5.1.2.23.3.1 Cable side
Ref. Nd. | Subclaus Capability Requirement Impl¢mentation
e
1 4.5.6.3 Line_A and Line_B are on 9-pin Sub-D9 m [ 1]
connectors called Connector_1
2 4.5.6.3 Connector_1 has metric screws (IEC 60807) [ 1]
3 4.5.6.3 Connector_1 male [ 1]
4 4.5.6.3 Line_A and Line_B are on 9-pin“Sub-D9 m [ 1]
connectors called Connectori2
5 4.5.6.3 Connector_2 has metric.8¢rews (IEC 60807) [ 1]
6 4.5.6.3 Connector_2 female m [ 1]
6a 4.5.6.3.1 | Connector_2 male o] [ 1]
7 4.5.6.3 | Shielding m [ 1]
8 4.5.6.3 Conductive casing connected to the cable shield m [ 1]
9 4.5.6.3 Makes/an electrical contact with the receptacle m [ 1]
when fastened
Ref. Ng. | Subclause Capability Requirement Value Implementation
1 4:5.4.9 Transfer impedance m Less than 20,0 mQ/m [ 1]
at 20,0 MHz
5.1.2.23.3.2 Receptacle side
Ref. No. | Subclause Capability Requirement Implementation
1 4.5.6.3 Line_A and Line_B 9-pin Sub-D 9 receptacle m [ 1]
called mVB-M1
2 4.5.6.3 MVB-M1 has metric screws (IEC 60807) [ 1]
3 4.56.3 MVB-M1 is female [ 1]
4 4.5.6.3 Line_A and Line_B 9-pin Sub-D 9 receptacle m [ 1]
called mVB-2
5 4.5.6.3 MVB-M2 has metric screws (IEC 60807) m [ 1]
6 4.5.6.3 MVB-M2 is male m [ 1]
7 456.3 Shielding m [ 1]
8 4.5.6.3 Conductive casing connected to the cable shield m [ 1]
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Ref. No. | Subclause Capability Requirement Implementation
9 4.5.6.3 Makes an electrical contact with the receptacle m [ 1]
when fastened
Ref. No. | Subclause Capability Requirement Value Implementation
1 4.5.4.9 Transfer impedance m Less than 20,0 mQ/m [ 1]
at 20,0 MHz

5.2 Test suites

This SW&MMMMMWSS its
conformmance. There are three main groups of test suites:

e bagic interconnection tests;

e capability tests;

e behavioural tests.

Physicpl layer testing requires manipulation of signal amplitude and 'signal timing. To feduce
the effprt of adapting existing generators, either frame or telegram generators, or creating ad-
hoc frgme generators, the idea for testing the electrical part of’the physical layer is td use a
test equipment derived from a reference medium attachment unit followed by a waveghaper.
The wpveshaper samples the signal coming from the testequipment and generates the
requirgd conditions to stimulate the IUT. See Figure 1.

The waveshaper shall sample the incoming bit sending out an outgoing bit:

) with the amplitude changed as required by the test;
) with the rise time changed as required by the test;
c) with the fall time changed as required'by the test;

) with the jitter as required by the test.

control path

5.2.1

Test Equipment
Medium Attachment | _ A Waveshaper |— A
Unit
B
— B L —
Cable
IuT | ]
B

Figure 1 — Application of the waveshaper

Basic interconnection tests

The basic interconnection tests are a subset of the behavioural tests. The following two
test that constitute the basic

subclauses

list the relevant clauses of the behavioural
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interconnection tests in the case of an MVB device using respectively ESD and EMD
attachment.

5.211 ESD basic interconnection tests

The following table lists the relevant clause to be applied to the ESD basic interconnection
tests.

Table 6 — ESD basic interconnection tests

Subclause to be applied

5241 ESDtesttayout
5.2.4.2 ESD identification
5.2.4.3.2 ESD connector

5.2.6.1.1 Requirements

5.2.6.1.2.1 Device status protocol
5.2.6.1.2.8 Capabilities field
5.2.71 Simple test

5.2.1.2 EMD basic interconnection tests

The following table lists the relevant clause to be applied to the EMD basic interconmpection
tests.

Table 7 — EMD basiccinterconnection tests

Subclause to be applied

5.2.5.1.1 Resistance test

5.2.5.1.4 Measurement of the signal waveform during transmission
5.2.51.5 Reéceiver behaviour test threshold set to 200 mV
5.2.6.1.1 Requirements

5.2.6.1.21 Device status protocol
5.2.6.132.8  Capabilities field
5:2.7.1 Simple test

5.2.2 Capability tests

The capability tests consist of activities:

e to check the consistency of the PICS against the declared values into the PICS
themselves, as a preliminary filter before undertaking more in-depth and costly testing;

e to check that the capabilities of the IUT are consistent with the static conformance
requirements specified by this standard and IEC 61375-3-1;

o to enable efficient selection of behaviour tests to be made for a particular IUT;

when taken together with behaviour tests, as a basis for claims of conformance.

Refer to Clause A.3 for the role of the IUT supplier and the Laboratory test to be played in this
activities.


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

61375-3-2 © IEC:2012

5.2.3

Behavioural tests

- 31 -

The behavioural test suites are sub-divided into the following test sequences.

5.24

5.2.41

ESD test layout

Electrical short distance medium

As shown in Figure 2 the ESD test layout consists of

a) two conductors carrying the serial data;

b) an equipotential conductor;

c) twd terminators biasing at each end;
d) stups to attach the devices participating on the network.
uT Test Equipment
TXETXS RxS TXE TXS RxS
terminator/ terminator/
biasing biasing
Powef ;oo ] V -----------
Supply : Vpp A ; . Vpp
Vpp Ru :[1] Ru
Data_N Data_N
E tap
Rm [| | XXX Rm
E Data_P
Rq Data_P Rd
Bus GND Equipotential Conductor Bus GND
ND o - —
G GND GND
4 @g..] .............................. SEegMENt IENGTN ... ssssssss s
Conjponents Type Value Connections Type Vajue
Ru Resistor 3900Q1W Vpp Supply voltage 50V 30W
Rm Resistor 150 Q1 W GND Reference voltage 0,0V
Rd Resistor 3900 TW
Figure 2 — ESD test layout
5.2.4.2 ESD identification

ESD identification is to test the implementation of the requirement 4.4.2.1 of IEC 61375-3-1:

» verify that the two conductors of a line are named Data_P and Data_N;

+ verify that the two conductors Data_P and Data_N are marked distinctly;

» verify that the equipotential conductor is named Bus_GND;

» verify that the equipotential conductor is marked distinctly.
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ESD section specifications
A ESD attachment backplane

st is conditioned by 5.1.2.20.

e implementation of the requirement 4.4.5.1 of IEC 61375-3-1.

Verify that Line_A and/or Line_B through independent connection points, identified as shown

in Figu

re 1 as:

o A.Data P and A.Data N; respectively;

n item

oad is
ss the
6 % is
ecified

e B.Data_P and B.Data_N.

5.2.4.3.2 ESD connector

Test the implementation of the requirement 4.4.5.2 of IEC 61375-3-1. The requirement
j) statgs a minimum source current of 70,0 mA and a maximum current of*300,0 mA. This test
checkqy for these values as minimum and maximum. A first assessment with no |
applied, then the minimum current is tested, following which the maximum. To assqg
maximpm current limitation, the value of 350 mA exceeding the maximum current of 16
chosern. This value, even if arbitrary, is 3 times the tolerance of current and voltage sp
in [IEC61375-3-1.

Calculation for the minimum current: 5V/70 mA=71,42 Q

Calculation for the maximum current: 5V /300 mA=16,6 Q

Calculation for the overcurrent: 5 V0350 mA =14,28 Q

The loads chosen from the E96 series, specified by IEC 60063, are respectively 71,5 (

Q, 14,

B ), the values fit near enough to the calculated values. Resistor power is chos

enough to account for the derating.

a) the

b) me

c) cor
me

connectors shall have the pofarity and arrangement shown in Figure 4;

asure 5,0 V + 5 % as in thefollowing table;

Table 8 — Measurement idle

Measurement points Result
Pin 8 to Pin 6 50V+5%
Pin 9 to Pin 7 50V+5%

nect-a.load of 71,5 QO 1 % 5 W between the couple of pins in the following tal
asUre’the voltage across them. See item j), 4.4.5.2 of IEC 61375-3-1;

D, 17,8
en big

le and

Table 9 — Measurement with load for minimum current

Measurement points Result
Pin 8 to Pin 6 50V+5%
Pin 9 to Pin7 50V+5%

d) connect a load of 17,8 Q 1 % 5 W between the couple of pins in the following table and
measure the voltage across them;

Table 10 — Measurement with load for maximum current

Measurement points Result
Pin 8 to Pin 6 50V+5%
Pin 9 to Pin 7 50V+5%
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e) connect a load of 14,3 O 1 % 5 W between the couple of pins in the following table and
measure the voltage across them.

Table 11 — Measurement with load for overcurrent

Measurement points Result
Pin 8 to Pin 6 + 50 mV
Pin 9 to Pin 7 + 50 mV
5.2.4.3.3 ESD connector of the terminator

Test tHe implementation of the requirement 4.4.5.3 of IEC 61375-3-1.

e — "..“".“““""““““E...E Rd
r\IEE -
o Rm \.._
Ve 5V + A.Bus_GND 6 | RU
.-J 2 |
B.Bus GND 7
3
g ®
A Bus 35V
q @4 [ 4 Rd
Vec 5V + - Rm "
-~ = B.Bus_5V
- @15 R

Figure.3— ESD terminator connector test

The cgnnector containingsthee terminator for ESD shall be tested as follows:
Conneft a 5 V 1 W shoft-circuit protected power supply as in Figure 3.
Measure the voltages as:

Table 12 — ESD measurements pin to pin

Measurement points Result
Pin 6 to Pin 1 2V+10%
Pin 6 to Pin 2 47V +10 %
Pin 7 to Pin 4 2V+10%
Pin 7 to Pin 5 4,7V £10 %

5.24.4 ESD Line_Unit test

5.2.4.4.1 ESD conventions

a) The characteristics of each device are measured at the points where the line is attached
to the device, Data_P, Data_N and Bus_GND.

b) When measuring a transmitter, the circuit of the receiver is the normal receiving state.
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c) When measuring a receiver, the circuit of its transmitter is in a high impedance state.
d) If the device is attached through connectors, these are included into the measurement.

5.2.4.4.2 ESD signal waveform
Test the implementation of the requirements 4.4.8.1 and 2.4.8.3 of IEC 61375-3-1.

With the test setup described in Figure 6:

Qscilloscope lUT Test Equipment
XX TXETxS RxS TXE TxS RxS
Channel A
o0 termipator/
Powgr — pre - ter(niqator/ lf.’.'.??.'..r.].g...
Supp EVpp i biasing Vpp
Ru - - Ru
Data_N Data_N
I, tap
e R
( R g 2 - "
Data P
Rd Data_P _ Rd
ND I Bus_GND . Bus_GND
AN )
GNDJ_ B S segment |ength ........................................................................ #{GND

Figure 4= ESD waveform measurement

a) Us|ng the oscilloscope in single shot acquisition and the arrangement of Figure 4, acquire
a frame from the IUT,
b) The rise time of thelsignal (10 % — 90 %) < 20,0 ns at 1,5 Mb/s.

c) The level of thettransmitted frame shall be a differential voltage two active levels:

— |HIGH, when the voltage difference (Data_P — Data_N ) is within:+1,5V < (Ur -U,)
< 45,00

- |LOW; when the voltage difference (Data_P — Data_N ) is within: -1,5 V > (U, - U) > -
50V

d) The beginning level of transmitted frame shall be a differential voltage that is:
— LOW, for at least 0,125 us £ 0,010 ps.

e) The end level of transmitted frame shall be a differential voltage that is:
— LOW state for at least 0,125 pys and at most 1,0 BT.

5.2.4.4.3 ESD transmitter jitter

Send at least 100 frames, the jitter between two consecutive edges between Start_Bit and
End_Delimiter shall not exceed 10,0 ns.

Using the digital storage oscilloscope the jitter measurement is accumulated (long-term jitter).
This is defined to be the deviation of a rising (or falling) edge "n" cycles after the first rising
(or falling) edge. The digital phosphor oscilloscope can measure 100 cycles of an incoming
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frame sent by the IUT. The scope is set to delay by 100 us (n x period of BT). This is the
long-term jitter performance of the frame over 100 cycles or 66 us. The value specified for the
jitter is 10,0 ns, the measured peak-to-peak jitter shall not exceed 3 ©.

5.24.5 ESD receiver
5.2.4.51 Signal reception

This subclause tests the implementation of the requirement 4.4.9 of IEC 61375-3-1 and
applies to its items a) and b). Item c) of 4.4.9 of IEC 61375-3-1 shall be guaranteed by the
datasheet specification of the receiver and thus not tested.

The carlaracteristics of the receiver are tested by applying a sequence of frames conlaining
256 random data bits in the data field, passed by a waveshape modifier. The~wavg¢shape
modifigr shall be able to

a) sample the incoming bit and sending out an outgoing bit with the amplitdde changed as
required by the test;

b) sample the incoming bit and sending out an outgoing bit with the’rise time changed as
required by the test;

c) sampple the incoming bit and sending out an outgoing bit with the fall time changed as
required by the test;

d) sample the incoming bit and sending out an outgoing, bit-with the jitter as required|by the
tes}:

1) |the amplitude of the outgoing signal from the waveshape modifier shall be set uptil the
oscilloscope read a differential voltage of 250:mV p-p;

2) |verify that the IUT receives correctly all ftames.
5.2.4.5.2 Input impedance

This sybclause tests the implementation“of the requirement 4.5.7.1 of IEC 61375-3-1.

The selquence is the following:

a) attach the test fixture and waveform generator as shown in Figure 6;
b) test both with the device not powered and with the device powered and not transmitfing;

c) set|the generator(to produce a 15071 kHz sinusoid at about 5 V pp differential mepsured
at Vi;

d) verffy that the\level is constant (2 %) from 150 kHz to 1 500 kHz;
e) mepsure V0 (pp differential) with the generator set to 150 kHz;

f) Vo|should be greater than Vi/2 V. This verifies that the differential input resistgnce is
greatertham t2kaZ;

g) calculate the ratio Vo/Vi , if the ratio is 20,5 the test passes.

5.2.5 Electrical middle distance medium
5.2.51 Measurement of terminating resistors
5.2.5.1.1 Resistance test

This test is intended to check the requirement 4.5.3 of IEC 61375-3-1.

1 The lower frequency limit is 150 kHz.

2 12kQ is the specified minimum value of impedance.


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

- 36 — 61375-3-2 © IEC:2012

This is a pure resistance test of the terminating resistors of MVB lines A and B, with the IUT
switched off.

The resistance shall have the following value: 120 Q range £10 %.

5.2.5.1
This te

.2 Inductance test

st is intended to check the requirement 4.5.3 of IEC 61375-3-1.

The inductance test of the terminating resistors is executed by connecting a sine-wave
generator to the IUT and measuring the phase displacement between current and voltage.

Optionlally, the inductance can be measured with an LCR meter.

The m
and 2,

5.2.5.1
The ch

attached to the device, possibly through a connector, indicated4n {EC 61375-3-1, 4.5.6.

a) A1
b) A2

The ol
point.

For co
Figure
and R

bximum permissible phase displacement is 0,087 rad in a frequency range betwg
D BR.

.3 Measurement of insertion loss

aracteristics of a device are measured at the connectiop- points, where the ¢

Data_P, A1.Data_N, and
Data_P, A2.Data_N.

nformity testing, it is not necessary\to access the Line_Unit interface, as sh

TxE TxS RxS
] ]

Line_Unit interface

en 0,5

bble is
? as:

tput or the input signal of a device is the diffetential voltage (U, — U,) at the conpection

bwn in

5. However, timing diagrams refef to the Line_Unit interface signals, especially TxS
S, to explain the specification.
transmitter receiver

attachment points
Zt W/&DOOOAJDQOOC@ Zt

(Up-Un)

Figure 5 — Measurement of an EMD device

When measuring a transmitter, the circuit of the receiver is in the normal receiving state.
When measuring a receiver, the circuit of its transmitter is in a high impedance state.

Insertion loss is measured by applying the sinusoidal signal of a generator (of internal
impedance = Zt) through 20,0 m of cable to the points A1.Data_P and A1.Data_N and by
measuring the signal with a voltmeter (connected in parallel with an impedance Zt) at the
extremity of another 20,0 m of cable attached to the points A2.Data_P and A2.Data_N, or
vice-versa, as shown in Figure 8.
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The attenuation is defined as the ratio expressed in dB of two differential voltages:

c) first voltage being set to 4,0 Vpp when the device is removed and the cable connectors

coupled;

d) a second voltage being measured when the device is inserted.

For this test, the measuring setup illustrated in Figure 8 is required.

One MVB connector of the IUT is connected to a terminating resistor via a 20 m MVB cable.
The other MVB connector of the IUT is connected to a sine-wave generator (with an internal
resistance Zt = 120 Q) via a 20 m mVB cable. The amplitude of the signal output by the

freque

The in
voltme
voltage

With th
betwee

5.2.5.1].

To apgroximate the loading of-the transmitter with a cable and devices, four test circy
specifi

a)

ncy generator issetto 4 \/ at the location of the voltmeter without the IUT inserte

d.

Lig
the

total resistivedoad is equal to 0,5 +1 % that of the terminator;

He
the

bertion loss is measured as the ratio between the voltage present at the lo€ation
fer in a setup without IUT with shorted cables (2 x 20 m MVB cablg) (1)) a
present with the IUT inserted (2).

e IUT switched off or in normal operation, the maximum permissibleloss at frequ

n 0,5BR and 2,0 BR is 0,15 dB.
Zt =120 Q 20 m 20 Zt=120 O
f=0.5BR A1.Data_P oy &b AZData
f=2.0BR A1.Data N T==H—=T1A2.Data N
1) IUT removed, .
cable connectors directly connected UL 2) lUT inserted

Figure 6 — Measurement of insertion loss

4 Measurement of the'signal waveform during transmission

bd, corresponding toxfour test cases:

ht test circuit:
light test _circuit simulates a line where only one device is present, the value

hvy testecircuit:
heéavy test circuit simulates a fully loaded bus, the value of the total resistive

of the
nd the

encies

its are

of the

oad is

eqL alta 0 42 +141 9 ~fthat Af tha tarminatare:
St/ Ot+tHat—-Or—tHe—+teHHatot

Idli

ng test circuit:

the idling test circuit simulates the behaviour of a 200,0 m cable without resistive
consumers, the capacitors have a value of 150,0 pF £10 % each, the resistors a value of

2,2

Q+1%;

Short test circuit:

the short test circuit simulates a line failure, it consists only of a current measurement
circuit.

These circuits are shown in Figure 7.
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< light test circuit
transmitter under test 0.5t
<
Data_P T
. e < heavy test circuit
xS ? L 0,42 7t
—< <—<37
E Data_N
idling test circui

<O 1 [}
Zt J. 220 J. 220 J. 2t

“d 150pFT 150pFT 150pF-|-

<—(j)—o/ short test circu

<—(37

—

Figure 7 — EMD transmitter test circuits

The sfationary amplitude is defined as the average' amplitude of the output signa
transignts settle.

This telst is intended to check the requirements'4.5.9.1 and 4.5.9.3 of IEC 61375-3-1.
The waveform of the signals from the IUI"during transmission is measured in three setd

Due to| the data encoding, the transmitter generates pulses which are either one bit in
(1,0 BT), a half-bit in length (0,5 BT) or one-and-a-half bits in length (1,5 BT): the o
shall choose one of these three pulses to synchronize upon.

when

ps.

length
perator

By sepding a master\frame F_CODE4 subscribed by the IUT as source port, the TE

authorfses the IUT {o-send a slave frame: the differential output signal from the IUT
frame)| is measured "at the IUT for channels A and B by means of an oscilloscop
sourced frame/from the IUT data bits are a sequence of

— first 64(bits at "1";

— thelseeond 64 bits at "0";

(slave
e. The

— the third 64 bits with the sequence “10” repeated 32 times;
— the fourth 64 bits with the sequence “01” repeated 32 times.

According to IEC 61375-3-1, it shall comply with 4.5.9.1, and particularly with the following list

of requirements:

e) the signal shall have a voltage level of +5,5 V max. and £1,5 V min. symmetrically to the

zero line (see IEC 61375-3-1, 4.5.9.1);

f) the difference between the steady-state amplitudes of two successive pulses sh
exceed 100 mV;

all not

g) the slew rate of the output signal shall be more than 15 mV/ns within 0,100 ys of the zero-

crossing (see |IEC 61375-3-1, 4.5.9.1);
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h) The maximum jitter shall be limited to +2 %. This jitter is defined as the actual time
difference between two signal voltage zeroes in reference to an ideal interval of one Bit
Time (see IEC 61375-3-1, 4.5.9.1);

i) The overshoot of the output signal, defined as the ratio of the maximum amplitude to the
stationary amplitude shall not exceed 10 % of its stationary amplitude.

As an option, in order to improve signal quality, the transmitter may use a technique called
Pre-Emphasis. In such a case, the transmitter shall comply with the above-listed requirements

except

requirement i) that is replaced by the following requirements:

j) the ratio of the Pre-Emphasis amplitude to the steady state amplitude shall be in the range
from 165 % up to 235 %;

k) the
shd

) the
cof

The hs
conneq
items

The lig
conneq

The re

The frg

6.1.6 gnd Manchester or Bi-phase-L encoding).

The ou

These

duration of the Pre-Emphasis pulse, measured from the front edge of the way
Il be maximum 330 ns;

difference between the positive and the negative stationary amplitdde
secutive pulses shall not exceed 0,20 V.

avy load test fixture shall be disconnected. The light test circuit/shall be placed
tion point of IUT (where Zt = 120 Q ), and the operator shall verify the same p
e), f), g), h), i)) with the new test circuit (see Figure 7).

ht test circuit shall be disconnected. The idling test ‘circuit shall be placed
tion point of IUT (see Figure 7).

bly of IUT shall have the end delimiter with some characteristic:

voltage shall not exceed 200 mV (see IEC61375-3-1, 4.5.9.3)

me shall be closed with a "NL'"symbol followed by a "NH" symbol (see IEC 613

points are verifiable' on the IUT for channels A and B by means of an oscilloscop

tput signal amplitude shall be greater than 4,5 V before the transmitter is disablef.

eform,

n two

at the
evious

at the

bltage shall have dropped to less than 100 mV after 300 ns (see IEC 61375-3-1,
).

r5-3-1,

W

If the {ransmitter.tises the pre-emphasis, the transmitter shall comply with the requirgments

e).f).9)

,h) and reguirement i) which is replaced by the following requirements:

m) the
fro

ratio’ of the pre-emphasis amplitude to the steady state amplitude shall be in thg
165 % up to 235 %;

range

n) the durafion of the pre-emphasis pulse, measured from the front edge of the waveform,
shall be 330 ns.

5.2.5.1

.5 Receiver behaviour test threshold set to 200 mV

This test checks the requirement 4.5.10.1 of IEC 61375-3-1.

To test the receive behaviour of the IUT, it is necessary to find out at what maximum deviation
of the received signal from the ideal signal the IUT can still correctly interpret the received

data.

The U

T is connected to the TE via 20 m of MVB cable.
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To generate such a non-ideal signal, the sender of the TE is provided with an additional
attenuation resistor that reduces the amplitude of the master frames to 300 mV at the input of
the IUT.

If the IUT has correctly received the master frame from the TE, it will acknowledge the

recepti

5.2.51

on by sending a slave frame. No slave frame may be lost.

.6 Receiver behaviour test threshold set to 500 mV

This test checks the requirement 4.5.10.1 of IEC 61375-3-1 when the threshold of 500 mV is

set.

To tes't the receiver behaviour of the IUT, it is necessary to find out at what, m4g

deviati

bn of the received signal from the ideal signal the IUT can still correctly_interp,

received data.

Ximum
ret the

hput of

ge the

The IU[T is connected to the TE via 20 m of MVB cable.

To gemerate such a non-ideal signal, the sender of the TE is provided with an additional
attenuation resistor that reduces the amplitude of the master framesto 750 mV at the i

the IUT.

If the IUT has correctly received the master frame from“the TE, it will acknowled
receptijon by sending a slave frame. No slave frame maybe lost.

5.2.6 Slave device status test suites

The slpve device status test suite shall be.exécuted in distinct phases depending

capabi

ities of the IUT. The following phases, are specified:

a) common test;

b) cugtom test;

c) spgcific class test.

Phase

Phase

1 covers the tests that are common to all devices irrespectively to the capabilitie

2 covers the tests/to be applied to devices that require customised test method

lacks qf capabilities,or-characteristics (as an example a class one device is able to sin

but not to sourcesports, consequently it is not able to answer at application level to in
test data).
Phase |3 covers the tests that are specific of a certain MVB class.

5.2.6.1

of the

o

having
K ports
toming

Common test

This test applies to Classes 1, 2, 3, 4 and 5.

This test does not apply to Class 0.

5.2.6.1

A Requirements

The IUT requirements and the test equipment requirement are specified by the following

subcla

5.2.6.1
The IU

uses.

1.4 IUT requirement

T supplier shall define:
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a) the
b)
c) the
d) the
e)

physical address of the IUT;

physical redundant capability;

T_ignore time of the device;
capabilities of the device (class of device);

the configuration option to execute the automatic switchover when the device responds to

a Device_Status_Response (LAT and ERD test). If the device is a class 1, this
specification is not required 3;

f) the procedure to produce a malfunction the IUT or a fault outside of the device without
effect on the communication (SDD test).

No

applicable to Class 1;

> test).

h) the| procedure to set the IUT not operative without effect on the communication gnd the

pr
5.2.6.1
The te

capabi
or LIN

The te
(MGI)

NOTE
5.2.6.1

Test ¢
specifi

5.2.6.1

This t
questiq

is a de

F_cod¢ = 15 (Deviee" Status_Request) and with its own address?

The te

edure to return the IUT operative (DNR test).
1.2 Test equipment requirement

t equipment shall provide a Class 4 or higher MVB device (master device) W
ity to connect both lines (LINE_A and LINE_B) or to connect (o one single line (1
_B).

t equipment shall provide a Class 2 or higher MVB~device with a manager in
to send a WRITE_RESERVATION request message to IUT (see SER test
d).

The two above-mentioned devices might be the same-device (master and slave).
.2 Common test execution procedure

auses presented hereinafter contain questions asking for proof, the relevant

bs the test to prove the compliance*to the question.
.21 Device status protocol
pbst checks the requirement 8.4.2. of IEC 61375-3-1 summarised by the fo

n:

vice replying with its Device_Status_Response ,when receiving a Master Fran

5t equipment shall send one or more Device Status_Request.

ith the
INE_A

erface
in this

clause

lowing

e with

The te

st\passes if the IUT response is a Device Status_Response (16 bits length res

ponse)

for every Device_Status_Request.

The test shall be terminated when 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.1

2.2 RLD and LAT

This test checks the requirements 8.4.1.2.4 of IEC 61375-3-1 summarised respectively by the
following questions:

e is the RLD flag set if the Observed_Line is disturbed?

3 For class 1 devices, if a device responds to a Device_Status_Request with a Device_Status_Response (with
RLD=0), the switchover is mandatory
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e is the LAT flag asserted if the master frame of this telegram was received over Line_A,
and negated if it was received over Line_B?

Using a lay-out without physical layer redundancy, the test equipment shall send a sequence

of Device_Status_Request and read the status of the LAT and RLD flags in the
Device_Status_Response sent back by IUT.

The test passes if the RLD flag is always set to 1 and if the LAT flag is always set to the same
value.

The test shall be terminated when 10 Device_Status_Request are sent.

Using B lay-out with physical layer redundancy, the test equipment shall send a sequgnce of
Devicg Status_Request with the following sequence of status of line connection.

a) At least a Device_Status_Request with either lines connected.
b) At least a Device_Status_Request with only line A connected.
c) At least a Device_Status_Request with either lines connected.
d) At least a Device_Status_Request with only line B connected.

For any step it shall execute the following check (the test passesif):

Step 1 All Device_Status_Responses in this step shall have RLD=0.
Step 2 All Device_Status_Responses in this step_shall have the LAT=1 and the RLD=1.

Step 3 All Device_Status_Responses in this step shall have RLD=0. If the IUT is & class
1 device or if it has this configurationjeption set for the other class, the LAT bit
shall change every time, or else it shall remain equal to 1.

Step 4 All Device_Status_Responses in\this step shall have the LAT=0 and the RLD=1.
5.2.6.1.2.3 SDD

This tgst checks the requirement8.4.1.2.4 of |IEC 61375-3-1 summarised by the fo|lowing
questign:

Is the DD flag set by adevice malfunction (for instance: ROM or RAM checksum errgr) or a
fault dutside of the device (for instance: damaged sensors) and reset when the fault is
removed?

The tegt sequence is the following:

a) the| tester shall execute the procedure to produce a malfunction of the IUT or ja fault
outside’of the device without effect on the communication (see IUT requirement 6).

The test passes if, for every Device_Status_Request sent by the test equipment, then the
IUT Device_Status_Response contain the SDD flag equal to 1.

The test shall be terminated when 10 Device_Status_Request are sent;

b) the tester shall execute the procedure to remove the malfunction of the IUT or the fault
outside of the device (see IUT requirement 6).

The test passes if, for every Device_Status_Request sent by the test equipment, then the
IUT Device_Status_Response contains the SDD flag equal to 0.

The test shall be terminated if 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.1.2.4 ERD flag (option)

This test checks the requirements 6.2.4.2 and 8.4.1.2.4 of IEC 61375-3-1 summarised
respectively by the following question:
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Is the ERD flag asserted if T_ignore > T_reply_def, negated otherwise?

The test equipment shall send more Device_Status_Request and relate the status of the ERD
flag in the Device_ Status_Response sent back by IUT to the T_ignore defined by the IUT
supplier.

(pass criteria are to be defined)

The test shall be terminated when 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.1

This te
questiq

Is the
ports 3

The te
the FR

If the |

If the |

e the
req

e the

The te

5.2.6.1

This te
questiq

Is the

2.5 FRC flag

st checks the requirement 8.4.1.2.4 of IEC 61375-3-1 summarised by the\ fo
n:

FRC flag asserted if any port has been forced to an imposed value‘and negats
ttached to the MVB are in the unforced state?

5t equipment shall send a sequence of Device Status_Requést and read the st
C flag in the Device_Status_Response sent back by IUT.

T is a Class 1 device, the test is passed when the flag:\FRC is always 0.

T is a class higher than 1, the test is passed when:

FRC flag is 1 if at least one port of the IUJT"is forced to an imposed value (s
uirement 7);

FRC flag is 0 if all ports of the IUT are*unforced (see IUT requirement 7).

5t shall be terminated when 10 Device Status_Request are sent.

.2.6 DNR flag

st checks the requirement 8.4.1.2.4 of IEC 61375-3-1 summarised by the fo
n:

DNR flag asserted’if the device is not operational (for instance application not ru

but ab

The tept equipment shall send a sequence of Device Status_Request and read the st

the F

to operate hormally on the bus, and negated if the device is operational?

flag,in the Device_Status_Response sent back by IUT.

lowing

d if all

atus of

ce |[UT

lowing

nning)

atus of

The teStispassed wiemn:

e the
e the

flag is 1 if the IUT is not operational (see IUT requirement 8);

flag is 0O if the device is operational (see IUT requirement 8).

The test shall be terminated if 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.1

2.7 SER flag

This test checks the requirement 8.4.1.2.4 of IEC 61375-3-1 summarised by the following
question:

Is the SER flag set if the device has been reserved for exclusive use and reset when this

exclusi

ve use is lifted or timed-out?
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If the IUT is a Class 1 device, the test equipment shall send a sequence of
Device_Status_Request and read the status of the SER flag in the Device_Status_Response
sent back by IUT. The test passes if the SER flag is always set to 0.

If the IUT is not a Class 1 device, the bus administrator of the test equipment shall send a
sequence of Device_Status_Request to read the status of the SER flag in the Device_Status_
sent back by IUT. The Class 2 stimulator device of the test equipment shall send a
WRITE_RESERVATION request message to IUT with COMMAND field set to RESERVE, and
after enough time (e.g. 1 s) it shall send a WRITE_RESERVATION request message to IUT
with COMMAND field set to KEEPREL. The test passes if the SER flag is set to 1 after the
first command, and if it is set to O after the second command.

5.2.6.1.2.8 Capabilities field

This tgst checks the requirement 8.4.1.2.2 of IEC 61375-3-1 summarised by(the fol|lowing
questigns:

a) Is the SP bit set to "1" for special device and set to "0" for device with-Device_Status and
Prdcess Data capability?

b) Is fhe BA bit set to "1" for no special device with bus administfator capability and| set to
«0} for no special device without bus administrator capability?

c) Is the GW bit set to "1" for no special device with gateway“capability and set to «0»[ for no
spdcial device without gateway capability?

d) Is the MD bit set to "1" for no special device with meSsage data capability and set|to «0»
for |no special device without message data capability?

The tept equipment shall send one or more Device® Status_Request and relate the status of
the capabilities field (SP, BA, GW and MD flags) in the Device_Status_Response sent back
by IUT|to the capabilities of the device (class*of device) defined by the manufacturer.

The tegt shall be terminated if 10 Device "Status_Request are sent.

5.2.6.2 Custom test

This tgst shall be executed using a stimulator supplied by the manufacturer of IUT. Oply the
data logger shall be supplied by the test laboratory to test the IUT.

5.2.6.2.1 IUT requirement

The physical address of the IUT is required.

5.2.6.2.2 Test equipment requirement

The testrequipment is partly supplied by the IUT supplier and this part is a stimulator that
shall be capable of sending to the IUT all sink process data present in the Periodic_List of the
IUT (master frame + slave frame) using the correct period for any one. Using an input of the
stimulator shall be possible to avoid a sending of at least a single port.

Periodically the stimulator shall send a Device Status Response to check the
Device_Status_Response sent by the IUT.

The test equipment is completed by a second part supplied by the test laboratory. This part is
a data logger that shall be capable of latching and displaying the Device_Status_Response
sent by the |UT.
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5.2.6.2.3 Custom test procedure

This test checks the requirement 8.4.1.2.4 of IEC 61375-3-1 summarised by the following
question:

Is the SSD flag set when the sink time supervision of any port is triggered and reset when all
configured ports are operated normally?

The test procedure is the following:

a) the stimulator shall send all sink process data published by the IUT using the correct
period.

ThJa test passes if, for every Device Status Request sent by the stimulator, ttlue IuT
DevVice_Status_Response contains the SSD flag equal to 0.

The test is terminated when 10 Device Status_ Request are sent;

b) the|stimulator shall not send all sink process data of the IUT using the correct peripd, but
at least a sink process data shall be sent in a time greater than the sink)time supervjsion.

The test passes if, for every Device_Status_Request sent bynhe stimulator, the IUT
DeVice_Status_Response contains the SSD flag equal to 1.

The test is terminated when 10 Device_Status_Request aresent.
5.2.6.3 Specific class test

This telst checks the Class_specific field of the DeviceStatus_Response of the IUT.

5.2.6.3.1 Class 1 device specific test

This tgst shall be applied to Class 1 IUT (no ‘special device, no bus administrator capability,
no Gateway capability, no message data_capability).

The calpabilities field is «0000».

5.2.6.3.1.1 IUT requirement

To run|this test, the IUT supplier shall define the physical address of the IUT.

5.2.6.3.1.2 Test equipment requirement

The tept equipment shall provide a MVB device with a bus administrator capability (master
device).

5.2.6.3.1.3 Procedure

This test checks the requirement 8.4.1.2.3.1 of IEC 61375-3-1 that is summarised by the
following questions:

Does a device of Class 1 respond with the "specific" field set to "0000"?

The test equipment shall send several Device_Status_Request to the IUT and verify that the
status of the «specific» field in the Device_ Status_Response responded from the IUT is
always «0000».

The test is terminated when 10 Device_Status_Request are sent.
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5.2.6.3.2 Bus administrator specific test

This test shall be applied to the IUT if it is a bus administrator capability device, i.e. no special
device, bus administrator capability, independent of gateway capability, independent of
message data capability.

The test procedure is sub-divided into the following phases:

e ACT flag;

e AX1 and AXO bits;

e MAS flag.

5.2.6.3.2.1 IUT requirement

Using this test, the IUT manufacturer shall define:

a) the|physical address of the IUT;
b) Actualisation_Key of the Periodic List;

c) the|procedure to set «configured» (in possession of a Bus_Caonfiguration) and, optionally,
thel procedure to set «unconfigured» (only executes_ theé Event Round and the
DeYVices_Scan) the MVB_Administrator object of the IUT.

5.2.6.3.2.2 Test equipment requirement

The tgst equipment shall provide a MVB device with bus administrator capability (master
device) with modifiable Actualisation_Key.

Also tHe test equipment shall provide a data legger to read all Device_Status_Responge sent
from IYT.

It would be better if the two above:mentioned devices were the same device (master and
slave).

5.2.6.3.2.3 AX1 and AXO0 “bits

This test checks the nequirement 8.4.1.2.3.3 of IEC 61375-3-1 that is summarised by the
followipg questions:

a) Does the AX4 bit correspond to the second least significant bit of the Actualisation_[Key of
the| Periodic List?

b) Doges the,”AX0 bit correspond to the least significant bit of the Actualisation_Key|of the
periedic list?

At start-up (bus inauguration) the test equipment shall take the mastership before the IUT (it
may be necessary to turn on the test equipment before the IUT).

The bus administrator device of the test equipment shall send several
Device_Status_Request to IUT and verify that the status of the AX0 and AX1 bits of the
«specific» field in the Device_Status_Response matches the last two least significant bits of
the Actualisation_Key in the periodic list defined by the manufacturer of the IUT.

The test is terminated when 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.3.2.4 ACT flag

This test checks the requirement 8.4.1.2.3.3 of IEC 61375-3-1 that is summarised by the
following question:
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Is the ACT Bit set to 1 if the device is actualised (in possession of a Bus_Configuration) and
set to 0 if the device is not actualised (only executes the Event_Round and the
Devices_Scan)?

At start-up (bus inauguration) the test equipment shall take the mastership before the IUT (it
may be necessary to turn on the test equipment before the IUT).

Then the bus administrator device of the test equipment shall send a sequence of
Device_Status_Request to IUT and verify that when the IUT is «configured» (see IUT
requirement 3) the status of the ACT of the «specific» field in the Device_Status_Response is
set to 1, and when the IUT is «unconfigured» (see IUT requirement 3) the status of the ACT is
set to Q

The te$t is terminated when 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.3.2.5 MAS flag

This tgst checks the requirement 8.4.1.2.3.3 of IEC 61375-3-1 that_is\ summarised |py the
followipg question:

Is the MAS Bit set to 1 if the device is the current master and set-to O if the device is pot the
current master?

To exdcute this test, the bus administrator device of the‘test equipment shall use thg same
Actualiisation_Key of IUT and IUT shall be «configured».

At start-up (bus inauguration) the test equipment shall take the mastership before the|IUT (it
may bg necessary to turn on the test equipmentibefore the IUT).

In this|status (phase 1) the bus administfator device of the test equipment shall send jone or
more Device Status Request to IUT.

Then the test equipment shall-execute a mastership transfer procedure to set the |UT as
mastel of the bus.

In this [status (phase 2) the IUT shall send one or more Device_Status_Request to itself

The tept passes if.during the phase 1 the MAS flag of Device_Status_Response of IUT is set
to 0, and if during’/phase 1 MAS flag of Device_Status_Response of IUT is set to 1.

The tegt is(terminated when 10 Device_Status_Request are sent.

5.2.6.3.3  Gateway specific test

This test shall apply to IUT if it is a device with gateway capability (no special device, no bus
administrator capability, gateway capability, independent of message data capability).

The other bus connected to IUT can be WTB bus or other bus , nevertheless they are not
involved in this test.

The test procedure is sub-divided into the following phases:

e STD flag;
e DYD flag.
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5.2.6.3.3.1 IUT requirement
In order to run this test, the IUT manufacturer shall define:

a) the physical address of the IUT;

b) the procedure to set MVB bus of IUT in static disturbance status and the procedure to
remove it and set back the IUT in normal condition;

c) the procedure to set MVB bus of IUT in dynamic disturbance status and the procedure to
remove it and set back the IUT in normal condition.

5.2.6.3.3.2 Test equipment requirement

The tgst equipment shall provide a MVB device with bus administrator capability [(master
device).

5.2.6.3.3.3 STD flag

This test checks the requirement 8.4.1.2.3.4 of IEC 61375-3-1 that s\ Ssummarised |pby the
followipg question:

Is the $TD bit set to "1" to indicate a static disturbance (remotecbus down)?

The te$t sequence is the following:
a) theltest shall execute the procedure to set the remote bus of the IUT in static distufbance
state (see IUT requirement 2).

the| test passes if, for every Device Status Request sent by the test equipment, the IUT
Deyice_Status_Response contains the STD\flag of the «specific» field equal to 1;

b) the| test shall execute the procedure torremove the static disturbance state from remote
bug of the IUT (see IUT requirement 2)-

The test passes if, for every Device Status_Request sent by the test equipment, the IUT
DevVice_Status_Response contains the STD flag of the «specific» field equal to 0.

5.2.6.3.4 DYD flag

This test is intended( t0 check the requirement 8.4.1.2.3.4 of IEC 61375-3-1 t{hat is
summarised by the following question:

Is the DYD bit setto "1" to indicate a dynamic disturbance (e.g. train inauguration)?

a) The test shall execute the procedure to set the remote bus of IUT in dynamic distufbance
state{see IUT requirement 3).

TheTest pass 1If, for every Device_status_Request sent by the test equipment, the IUT
Device_Status_Response contains the DYD flag of the «specific» field equal to 1.

b) The test shall execute the procedure to remove the dynamic disturbance state from the
remote bus of the IUT (see IUT requirement 3).

The test passes if, for every Device_Status_Request sent by the test equipment, the IUT
Device_Status_Response contains the DYD flag of the «specific» field equal to 0.

5.2.7 Process data test suites

To make easier the testing of process data capability without sacrificing the coverage, some
confidence tests shall be applied to the IUT. A confidence test is not exhaustive nor fully
covering all the possible cases referred to specification, nevertheless it gives the confidence
that coverage is high enough to ensure conformance. The use of confidence tests has some
advantages: fast execution, low cost, reduction error during test.
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The following test suites are implemented:

a) simple test;

b) hig

h coverage test;

c) custom test.

The simple test is intended for Class 1 devices without computing capability, nevertheless it
may be applied on the upper classes of MVB devices.

The high coverage test is intended exclusively for MVB devices with computing capability.

The cystom test is intended for MVB device implementation on which the simple test, 3
high copverage test cannot run owing to implementation characteristics even though, th

accord
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compu

The IU
(test s

When
sends
it.

The ude of a test register is asking for extrachardware on the device, nevertheless, in
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Figure 8 — Example of test hardware implementation

If a process data is managed by means of different functions from the ones used for test
process data in the same layer, this process data is considered not tested.

5.2.71

A IUT requirement

In order to run this test, the IUT manufacturer shall define:

e the
e the
e the

logical address of sink process data;
logical address of source process data;

size of sink and source process data, they shall have the same size;
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e the position of the test bit in sink process data with the mask of the other bits that shall
remain fixed during the test;

e the position of the test bit in source process data;

e the maximum setup time of the register (to define the minimum time from
Process_Data_Response of sink process data to Process Data Request of source
process data). It shall be lower than 511 ms;

e the list of all other source process data (application source process data);

e the means and the procedure to invalidate the test source process data (the source
process data with the test bit).

Hereingfteramexampte of tdFrequirermentsisgiven

e sink process data address = 3368;
e soyrce process data address = 3360;
o size¢ of either process data = 16 bits (FC = 0);

e mapk of sink process data = 0111 1111 0000 x000 (the test bit is BIT3, the others |bit are
fixgdd);

e pogition of test bit in source process data = BIT5;
e makimum setup time of the register = 2 ms;
e application source process data = 25 (128 bits), 26 (64 bits);

e invalidate command = connect to GND the sleep signal field interface.

5.2.71.2 Test equipment requirement

The tegt equipment shall provide a Class 4 or‘higher MVB device (master device).

The pgriodic list of the bus administratar shall include two programmable process dafa (two
for every size type). For every process data, the address and the poll period shall be
programmable.

Furthefmore, the test equipment shall provide a Class 1 or higher MVB device with local
intelligence (slave device).

This de¢vice shall be capable of publishing a programmable (address and size) source process
data.

It is possiblethat the two above-mentioned devices are the same device (master and slave).

No extpasrequirements, offered by the test equipment, can be requested by the manufacturer
of the IUT (e.g. the use of application process data in the periodic list). All the means needed
to set up the IUT in the testing mode shall be prepared by the manufacturer of the IUT.

5.2.7.1.3 Procedure

For each test sink process data subscribed by the IUT, a source process data published by
the test equipment shall exist. For each test source process data published by the IUT, a sink
process data subscribed by the test equipment shall exist.

If not differently specified, a «write sink process data» is a sequence of a
Process_Data_Request with size and address specified by the test sink process data of the
IUT, and the corresponding Process_Data_Response sent by test equipment.

If not differently specified, a «read source process data request» is a Process_Data_ Request
with size and address specified by the test source process data of the IUT.
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The test sequence is the following:

a) the test equipment shall send a sequence of «write sink process data» and «read source
process data request» (spaced out by the declared setup time) and compare the test bit in
the send Frame_Data (that can be different from the previous Frame_Data sent) with the
test bit in the Frame_Data eventually responding from the IUT.

The Frame_Data of «write sink process data» shall contain the fixed part as specified in
mask of sink process data by the manufacturer of IUT, and the test bit that can change
every cycle.

The test passes if the IUT response is a correct size slave frame for every «read source
process data request» and if the test bit in Frame_Data of these responses is equal to the
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5 test step is'finished when 10 cycles are over.

To run this.test, the Class 1 device with computing capability, that is part of the test equipment, is
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atesperiodic list that ceases to poll the disabled device. Specific software, loaded into the test eq
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The coverage of the test is stated below.

Step 1 of this procedure covers the check of the requirements 7.4.1.1, 7.4.1.4 and 7.4.1.5 of
IEC 61375-3-1. The indivisibility property of the internal buffer of the IUT is not checked.

Step 2 covers the check that the device is able to “not accept a slave frame if the F_code
indicates a frame length different from the configured length for that logical address” as it is
required by 7.4.1.5 of IEC 61375-3-1.

Step 3

Step 4

checks the requirements 7.4.1.4 of IEC 61375-3-1.

of the procedure checks the requirements 7.4.1.4 of IEC 61375-3-1.
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The requirement in 7.4.1.5 specified as “ a sink buffer shall provide means to indicate how
long ago it was updated” is not verified by this test.

All tests shall verify at a minimum one size type sink process data and one size type source
process data.

5.2.7.2 High coverage test

This test is applicable to Classes 2, 3, 4 and 5.

The IUT shall provide five sink process data (test sink process data) and five source process

dtt& daotal thbhaot $ ihedadicatad ta taat 1
a a POl OUUTULL PTULUT OO Udtd) tTalt art TTUL TITCLToodl Ty UTUTLATTCU U ITol PUTPUOT O UTITy

Each dne of five test sink process data and the five test source process data shall\represent a
different size type of process data (FC=0 .. FC=4).

At application layer, every time the IUT receives a test sink process datai the value wrjtten in
its port shall be copied in the port of the corresponding (with the same size) test source
procesks data.

The usle of these test process data may require a specific test application code on the device.

The tgst application code shall use the same accessihg functions that are used py the
applicgtion code loaded into the device when the conformity is claimed and declared by the
IUT supplier in real implementation.

5.2.7.21 IUT requirement
In ordgr to run this test, the IUT manufacturershall define:

a) the|logical address of the five test sink process data;
b) the|logical address of the five test'source process data;

c) thel maximum setup time.of the source port (to define the minimum time¢ from
Prdcess_Data_Response ‘of sink process data to Process_Data_Request ¢f the
corfesponseing sourceprocess data). It shall be lower than 511 ms;

d) thellist of all other source process data (application source process data);

e) thel means and. the procedure to invalidate all test source process data (invialidate
cormmand);

f) the|meansand the procedure to indicate how long ago the sink process data was updated
(refresh-timer indicator) and the minimum and maximum period to use in the test tp point
themout/(refresh test time).

Hereinafter, an example of an IUT requirement is given:

e sink process data address = 1 (16 bits), 2 (32 bits), 3 (64 bits), 4 (128 bits), 5 (256 bits);

e source process data address = 6 (16 bits), 7 (32 bits), 8 (64 bits), 9 (128 bits), 10 (256
bits);

e maximum setup time of the source port = 0,5 ms for all test source port;
e application source process data = 25 (128 bits), 26 (64 bits);
e invalidate command = Invalidate_Port(address) from service interface of the IUT;

o refresh timer indicator and refresh test time = service interface of IUT (command
Get_Refresh_Time_Port(address)) with a period from 5 s to 1 min.
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5.2.7.2.2 Test equipment requirement

The test equipment shall provide a Class 4 or higher MVB device (master device).

The periodic list of bus administrator shall include ten programmable process data (two for

every

size type). The address and the poll period of each process data sh

programmable.

all be

Furthermore, the test equipment shall provide a Class 1 or higher MVB device with local
intelligence (slave device).

This dewt
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To tes
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ent shall exist.
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ifferently specified, a «write sink process data» is a sequence of

rocess_Data_Request, with size~and address specified by the test sink process
IUT as defined in the relevant'PIXIT, generated by the BA of the test equipment;

corresponding Process_Data_Response sent by the test equipment source p
a.

ifferently specified,.a «read source process data request» is a Process_Data_R
ve and address_s§pecified by the test source process data of the IUT as defined

.31 Port cycle time

the process data capability, some characteristics about the port cycle time useg
ained:

— The cycle_1024 constitutes all the Periodic_List.

— The basic period is equal to 1 ms.

rocess

bve).

acturer
eeded

Dby test

bed by

Hata of

rocess

equest
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d shall

— The Split_List, which contains the number of master frames to be sent in each basic
period, is set to 1 in every index: in every basic period only one port is polled.

F_code and Address identify the port:

o the
e the

four most significant bits of the 16-bit word represent the F_code;

least significant 12 bits represent the address.
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Frame_dat

< >
F code Address
N _/

Figure 9 — F_code + Address

Conventional representation:

F _codg¢+Address > Port x

Port 1 Sink port_1
Port 2 |Sink port_2
Port 3 Sink port_3
Port 4 Sink port_4
Port 5 Sink port_5
Port 6 Source port_1
Port 7 Source port_2
Port 8 Source port_3
Port 9 Source port_4
Port 10 |Source port_5

The stfucture of a general cycle_1024 shall be the fellowing:

Array ¢f 1024 elements

1 Port_x

Port_y
3 Port_z
1024 |Port_y

The stfucture of cycle~1024 in this specific case shall be the following:

Array ¢f 1024 _€lements
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17 Port_1

18 Port_2

19 Port_3

20 Port_4

21 Port_5

22 0

23 0

24 0

25 Port_6

26 Port_7

27 Port_8

28 Port 9

29 Port_10

30 0

31 0

32 0

1009 |Port_1

1010 |Port_2

1011 |Port_3

1012 |Port_4

1013 |Port_5

1014 |0

1015 |0

1016 |0

1017 |Port_6

1018 |Port_7

1019 |Port_8

1020 |Port_9

1021 |Port_10

1022 |0

1023 |0

1024 |0
The pdrt address ‘0’ represents non-existing address polling.
The cycle_1024 is.completed in 1,024 s.
A cycle_16 should be enough to poll the 10 ports declared, but the need to execute other
tests with, mare than 16 ports to poll suggests a longer cycle (cycle_1024), but with the same
effects|for’the 10 ports declared:

the hypothetical cycle_16 that composes the first 16 elements of cycle_1024, shall be
repeated to cover the 1024 elements of cycle_1024.

Example:

The IUT has declared the following sink/source port:

F _cod | Address Type
e
0 10 Sink
1 11 Sink
2 12 Sink
3 13 Sink
4 14 Sink
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Port 1 |0x000A
Port 2 |0x100B
Port—3—0x2006C
Port 4 |0x300D
Port 5 | 0x400E
Port 6 | 0x000F
Port 7 | 0x1010
Port 8 | 0x2011
Port 9 | 0x3012
Port 10 | 0x4013

The cdrresponding cycle_1024 is the following:

1 0x000A
2 0x100B
3 0x200C
4 0x300D
5 0x400E
6 0
7 0
8 0
9 0x000F
10 0x1010
11 0x2011
12 0x3012
13 0x4013
14 0
15 0
16 0
17 0x000A
18 0x100B
19 0x200C
20 0x300D
22 0
23 0
24 0
25 0x000F
26 0x1010
27 0x2011
28 0x3012
29 0x4013
30 0
31 0
32 0
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5.2.7.2.3.2 Steps

1009 | 0x000A
1010 | 0x100B
1011 0x200C
1012 | 0x300D
1013 | 0x400E

1014 0
1015 0
1016 0

1017 | 0x000F
1018 | 0x1010
1019 | 0x2011
1020 0x3012
1021 0x4013

1022 0
1023 0
1024 0

For edch sink-source process data couple, the test equipment shall execute the fol|lowing

tests:

a)

the| test equipment shall send a sequence of «write sink-process data» and «read source
process data request» (spaced out by the declared/setup time) and compare the sent
Frgme_ Data (that shall be different from the previous Frame_ Data sent) with the
Frgme_Data eventually responding from the IUT,

The test passes if the IUT response is a cortect size slave frame for each «read source
process data request» and if all Frame Data of these responses are equal [to the
corresponding Frame_Data sent by the test.equipment.

Thi

the| test equipment shall send a sequence of «write sink process data» and «read jsource
process data request» (spaced out by the declared setup time) using, for the «writre sink
process data», different size4\from that declared in the specific sink process dafa, and
compare the Frame_Data sent’(that shall be different from the previous Frame_Data sent)
with the previous Frame_.Data of the same source process data response from the 1UT.

test step is finished when 10 cycles are over;

The test passes if the-lUT response is a correct size slave frame for every «read [source
process data requesi» and if all Frame_Data of these responses are the same as [that of
previous Frame Data received.
Thi

the| test _equipment shall execute on the IUT the procedure to invalidate the [source
process data.

test step’is‘finished when 10 cycles are over;

The test equipment shall send a sequence of «write sink process data» and «read source
process data request» (spaced out by the declared setup time).

The test passes if the IUT response is a correct size slave frame with Frame_Data set to
invalid data irrespective of the value of the test bit in the Frame_Data sent by the test
equipment.

This test step is finished when 10 cycles are over;

the test equipment shall send a sequence of «write sink process data» using the minimum
refresh test time period and then using the maximum refresh test time period.

The test passes if, during the test, the indicator of update port timer displays an
appropriate value for every refresh test time period.

This test step is finished when 10 cycles are over;

If the “Write sink process data” declared by the IUT has F_code=1, the test foresees 4 written data using the
same address but with the other four F_code (0,2,3,4).
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e) the test equipment shall send the Process_Data_Request of the complementary set of the
list of all source ports (test source process data + application source process data). The
source process data not provided in the IUT shall be requested in all sizes (five
Process_Data_Request), the source process data provided in the IUT shall be requested
in all other sizes (four Process_Data_Request).

The test passes if the IUT never responds (no slave frame).

This te

st step is finished when 10 cycles are over.

The test is now stopped, and the tester shall wait for the exhaustion of the maximum refresh

test ti

e period

The co
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long ago it was updated” is verified by this*test provided by the means of the
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5.2.7.3
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verage of the test is stated hereinafter.
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d by 7.4.1.5 of IEC 61375-3-1.

checks the requirements 7.4.1.4 of IEC 61375-3-1.
of the procedure checks the requirements 7.4.1¢4 of IEC 61375-3-1.

‘
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nicate the maximum refresh test time\period timeout.

Custom test
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The te
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5t laboratory is in charge of executing the test and reports the result only.

1 Process data identification

rocess data of the IUT involved in the test shall be declared as the following:

covers the check that the device is able to “not accept a slave frame if the Kk

of this procedure covers the check of the requirements 7.4.1.1, 7.4A4.4Vand 7.4.1.5 of
375-3-1. The indivisibility property of the internal buffer of the IUT is.not checked,
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to the

V)

—_ ~— ~— ~—

m

>

b
c
d

5.2.7.3

emonic iaentitier,

size;
logical address;
type (sink, source, bidirectional).

.2 Process data sample

Each process data of the IUT involved in the test shall be characterised by the following

testabi

lity attribute:

a) minimum and maximum frequency of process data poll;

b) other access constraints (status of device, sequence with other sink process data, etc.).
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All process data shall be divided into subgroups with the same peculiarity. A sample of each
subgroup of process data shall be submitted for test.

5.2.7.3.3 Test conditions of process data

In devices that are submitted to custom test, some bits of the IUT process data ports may not
be exposed.

In order to run the test, the facilities to read or to force such ports shall be provided by the
IUT supplier in the relevant PIXIT.

suppligr in details.

5.2.7.4 Test procedure

For every process data sample, the test procedure shall be according tothe-following [frame-
work:

Q

) ideptify the process data;

b) degcribe the group of the process data sample;

c) degcribe the test conditions;

d) degcribe the test bed;

e) degcribe the operation sequence;

f) degcribe the pass criteria (with reference of the RICS).

5.2.7.4.1 Test execution

The following two subclauses list the subglauses of IEC 61375-3-1 and the relevant questions
that the test shall check.

5.2.7.41.1 Source process data

The implementation of test shall address the following IEC 61375-3-1 requirements dgclared
at the beginning of the nexi'sentences:

7.4.1.1 of IEC 61375-321— Does the slave which sources the process data corresponding to
the identifier in the.Rrocess Data_Request respond with a Process Data_Response?

7.4.1.4 of IEC 61375-3-1 — Is the IUT device sourcing process data reading the contents of its
source| buffer-and sending it in one indivisible operation in the slave frame?

7.4.1.4 of ,IEC 61375-3-1 — Does the IUT device not respond if the F_code of the P
Data_ indi i i
Logical_Address?

7.4.1.4 of IEC 61375-3-1 — Does the source buffer of the IUT device provide means to be
overwritten with “0” to invalidate its data?

rocess
r that

5.2.7.41.2 Sink process data

The implementation of test shall be such that the following IEC 61375-3-1 requirements
declared at the beginning of each of the next sentences are addressed:

7.4.1.5 of IEC 61375-3-1 — Is the IUT device, when sinking process data, storing the frame in
the corresponding buffer (port), overwriting the previous contents of that buffer in one
indivisible operation with the contents of the frame received over the bus?

7.4.1.5 of IEC 61375-3-1 — Is the IUT device, when sinking process data, not accepting a
slave frame if the F_code indicates a frame length different from the configured length for that
Logical_Address?
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7.4.1.5 of IEC 61375-3-1 — Does the sink buffer of the IUT device provide means to indicate
how long ago it was updated?

5.2.8 Slave message data capability test suite

To make easier the test of message data capability, a standard test shall be applied to the
IUT. As already weighed up in process data capability, the use of a standard test has some
advantages: fast execution, low cost, reduced error during test, defined test covering.

The following test type can be implemented:

a) standard test (on a device with a dedicated function test);

b) cugtom test (other).

5.2.8.1 Standard test

For thp purpose of the test, this model considers only two devices patticipating |in the
commuynication. Figure 10 shows the concept of message data testing,ithé figure shows two
participating devices and three non-participating devices.

<

Vehicle Bus

destination

source—% TE device

P

Figure 10 — Concept of message data testing

The following_general conventions are applied:

a) tesf sink message: is a message data that will be received and processed by the IUT;

b) test source message: is a message data that will be sent by the IUT;

c) in the IUT shall exist memory regions, each consisting of a number of identical,
consecutive items, whose size is an integral multiple of one octet, each octet having an
address. The alignment is as follows:

o if the item size is 1, the memory region may begin at an odd or an even address;
e if the item size is 2, the memory region shall begin at an even address;

o if the item size is 4, the memory region shall begin at an address divisible by 4.

The message data process involves the TE as caller-originator and the IUT as replier.
Figure 11 shows the model.
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TE Network IUT

call message [

Copy of
Received
Data Field

reply Thessade

Fjgure 11 — Model of the relation between TE and IUT for message.data testing

The cqmplete test model is shown in Figure 12, here the TE asks’the IUT to become the
caller.|The TE originates a message call, the IUT receives it and. copies the data part of the
data field in a call message for the TE. The TE receives the /message and copies the data
field again replying to the IUT. The IUT receives the reply message from the TE and |copies
the dafa field replying to the TE. An IUT timeout is set by ¢he TE against the IUT angd a TE

timeouf is set by the IUT against the TE.

TE Session Transport Session

__________________ 1 Received
......... Data Field

Copy ofy™ [y =
Received [oiiiviniviiid - L, TE
time out

Data Field [t . .

T g%
time ou

LD Rl e n
: ____________________ ! Copy of
......... Keceed

--------- Data Field

time
f

Figure 12 — Relation between TE and IUT in case of test of IUT as caller

The transport layer operates with the seven packet types illustrated in Figure 13. The field
dt_data is used mostly.
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Message or_pack_size cr_session_header
Transport _

Control cr_credit _| I_ / /
network ‘l CR cr_conn_ref cr_msg_size cr_data
header

bits: 8 16 32 4 4 8 I
up to 112 bits
cc_credit
I_I— cc_pack_size
network
head CC ! cc_conn_ref

8 bits 16 4 4
astwatk DR |dr_reason
header

8 8
network DC |dc_reason
header -
8
/]
netwotk |1 dt_déia / /
header
4 13 up to 176 bits in MVB, 984 bits on WTB I

dt_e — L dt_seq_nr

netwolk

headdr AK ak_seq_nr
4 13

network
NK k

headef nr-seq
4 13

Figure 13 — Packet formats (transport layer body)

5.2.8.2 IUT checks
The IUT.shall:

copy the dt_data a specific message data received by the dt_data of the reply message (tests
the IUT as replier).

It shall check if the first byte of dt_data of received message is 0x83, in this case it shall use
the next four bytes of dt_data as AM_ADDRESS of its reply. The IUT shall use the remaining
data as the dt_data of this reply message; when the IUT receives the reply to this message, it
can send the reply of the first received message using the same dt_data of the reply from TE
as the dt_data of its reply to the first message.

Figure 11 describes the test procedure used when the first byte of the dt_data of the received
message is not equal to 0x83. Figure 12 describes the test procedure used when the first byte
of the dt_data of the received message is equal to 0x83.

Figure 14 describes the flowchart that shall be implemented in the IUT to execute the test.
Timeout is not shown in the flow chart, but shall be implemented accordingly.
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am_bind_replier

—

am_receive request
Il

Test Call
essage received?

(receive_confirm)

Yes

v

Split the dt data of received medsage:
Discard 0x83

Copy the dt_data of
message, included
the first byte

Replier AM_ADDRESS  size dt_data

v

am_call request

Test reply
fessage received?

{call confirm)

Copy the dt data of
received reply message
i dt_data of reply
messagge to send

< |
v

am_reply request

Test Reply
Message sent?

(reply confirm)

Yes

Figure 14 — Test message task of IUT
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5.2.8.2.1 IUT requirements
The IUT shall define:

a) link layer parameters;
b) the network layer parameters;
c) the transport layer parameter;

d) the session layer parameter.

5.2.8.21.1 Link layer parameters

The following information shall be specified:

MSG_ The physical address of the IUT5S
MSG_2 The priority event implemented for the event phase in spefadic phas¢. See
Table 13.
Table 13 — Event poll strategy
event_poll_strategy

NOEVENTS (‘0000°H), naé.event polling

HIPRIONLY (‘4000°H), high priority events only

LOPRIONLY (‘8000°H), low priority events only

HILOPRIO (‘C000’H) high and low priority events
5.2.8.2.1.2 Network layer parameters

The following information shall be specified:

MSG_ The final function of the-test sink message (test replier function)

MSG_4 The origin function of the test sink message (test replier function)

MSG_% The final function ‘of the test source message (test caller function)

MSG_6 The originfunction of the test source message (only if the final function is §ised in

the client’s-application program)
MSG_T The station_id of the device

MSG_8 The-maximum length of a message (see cr_msg_size in 6.3.6.5 of IEC 61375-2-1
and Figure 128). This value shall be the lowest value of the max send arjd max
receive messages. This parameter is required by the network and by the| upper
iaycl, tilib vaiuc odall IUU uliffvlcllt fUI UlillfCICIIt idyUlb, tilC |||a)\i|||un| icllg h Of a
message is the smallest of these.

MSG_9 The timeout for replying to the received message in a single call case (see IUT
timeout in Figure 11)

MSG_10 The timeout for replying to the received message in a double call case (see IUT
timeout in Figure 12).

MSG_11  The timeout for replying to the received message in TNM services.

5 The “Physical Address” is the “Device Address” on MVB
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MSG_12 For the Group_Directory, management shall be defined if the Group_Directory
exists (multicast) or does not exist (single cast only) or it is fixed. If the
Group_Directory exists, it shall be defined if it is up/downloadable by means of the
network management or by means of service interface or either.

MSG_13 For the Function_Directory, management shall be defined if the
Function_Directory does not exist, if it is fixed, if it is up/downloadable by means
of the network management or by means of the service interface or either.

MSG_14  For the Station_Directory, management shall be defined if the Station_Directory
does not exist (simple routing), if it is fixed, if it is up/downloadable by means of
network management or by means of service interface or either.

MSG_’E_EaLauJULaLmdLshaﬂ_deaﬂnedAhﬂmdL_MQw_managemenLanji if the
Node_Directory is fixed or if it is up/downloadable by means of(network

management

MSG_16 For an IUT as node shall be defined the node address if the IUTnis'a node in a
train bus with fixed composition.

5.2.8.2.1.3 Transport layer parameter (optional)

The following information shall be specified:

MSG_17 The multicast transport protocol implementation.
5.2.8.2.1.4 Session layer parameter

The following information shall be specified:

MSG_18 The topo_counter value.

5.2.8.2.1.5 Example of IUT requirements data gathering

The physical address of the IUT\=14

The startup station address =\Fhe same as the physical address = 14
The final function of the.function test sink message = 93

The origin function of the function test sink message = 80

The final functionsef*the function test source message = The same origin funcfion as
the function test.sink message = 80

The origin function of the function test source message = The same final fundtion of
the function test sink message = 93

The final'station of the station test sink message = 252 (as recommended)

5.2.8.2.1<6 IUT test application

The IUT shall send to the final function of the source message the same message received by
the final function of the test sink message. This operation shall be executed in less than 1 s.

The source device (SD) of a received message shall be used as the DD (destination device)
of the message replied.

If the DD of the received message is the broadcast address then the IUT shall reply the same
message to the broadcast address.
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5.2.8.2.1.7 General IUT requirement
The following information shall be specified:

MSG_19 The test equipment waiting time to execute another call_request to the same
replier (is identified as caller timeout), after having executed the call_confirm
(receive the reply).

Caller Session Transport Session Replier
- am_bind_replier
am_call_request Lot e e e e " (replier_function)
{caller_instance BN RN RN
epHer, ey R am_receive_request
out_buffer, st NN LI a—  (replier_instance,
replier_timeout) s in_buffer)
q—‘_‘—‘—b ......
receive_confirm
(replier_instance,
caller, in_buffer, }
o DRI ly_request
TEply messag am_reply_
SR A (replier_instance,
PO asaanatd INHIEHR out_buffer)
call_confirm : Lttt
{caller_instance, RN
replier, oA
in_buffer,  Piililllilll e S s o
status) = @ lgrildre—dR LTINS
) = LTt N O
. :: :: ::::: ™ reply_confirm

Lttt (replier_instance)

am receive_request
P (replier_instarnce,
in_buffer)

am_call qequest B

time

Figure 15 — Caller timeout identification®

MSG_20 The IUT agent shall implement the following services:

e Read_Station_Status
e Read_Station_Inventory

6 |IEC 61375-2-1, 6.3.10.2.1 shows an interaction diagram. It is recommended that the user takes into account
the delay times.
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MSG_21 Every time the IUT receives a message to the final station (see requirement
MSG_1) of the type station test sink message (osu=1), it shall reply to the origin
station the same received message. This operation shall be executed in less than
1 s. The source device (SD) of the received message shall be used as the DD
(destination device) of the replied message.

If the DD of the received message is the broadcast address then the IUT shall
reply the same message to broadcast address.

MSG 22 Every time IUT receives a function test sink message (osu=0), from the origin
function (see requirement MSG_4) to the final function (see requirement MSG_3),
it shall reply the same message using the origin function (see requirement
MSG_6) as the final function (see requirement MSG_5) of the function test source

_message_m&u_mm_apﬂalm_sh&be_ammed_m_msmanj_sihef= ource
device (SD) of the received message shall be used as the DD (destination device)

of the replied message.
If the DD of the received message is the broadcast address then (the IUT shall
reply the same message to the broadcast address.

MSG_23 One memory region with at least 16 bytes, that shall be, during-the test, reserved
and exclusively available for test purposes. The memory region shall be defined
with its address.

MSG_?4 A memory area (domain) where the test equipment can execufe the
Download_Segment using test data. Shall be defined the base addregs, the
domain_size (e.g. the sectors size of a flash” EEPROM) and an |[invalid
domain_size (e.g. in a Flash with 64*1024 byte ‘sectors, the 80*1024 byte pan be
an invalid size).

MSG_25 Shall be defined if the domain can be erased.
MSG_26  Shall be defined if the domain can be ‘written.

MSG_27 Shall be defined a memory areaxwhere the test equipment cannot execyte the
Download_Segment using test data. Only the base_address is required.

MSG_28 The data segments to download in the domain area defined in MSG_24 . Every
segment shall be characterised with segment_base_address, segment_sire and
segment_values (including its checksum).

MSG_29 The same first segment described in MSG_28 but with the wrong checksum

MSG_80 The same firsf segment described in MSG_28 but with only a segmen{ value
different (including the eventually correct checksum).

MSG_31  Shall be defined if is provided with the means and the procedure to calise an
INFO event used as entry of the journal object.

MSG_32 Shall'be defined if is provided with the means and the procedure to cause a
WARNING event used as an entry of journal object. Shall be defined if is provided
with the means and the procedure to cause an ERROR event used as an gntry of
the journal object

5.2.8.2.2 Test equipment requirement

TE_1 The test equipment shall provide a Class 2 or higher MVB device (message data
capability device) implementing at the application layer a task that sends test
messages to the IUT and receives reply messages from it.

TE_2 Test equipment shall provide a Class 4 or higher MVB device to execute the bus
administrator function to permit the messages transfer.

It is recommended that the two above-mentioned classes reside on the same device.
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5.2.8.2.

The fo
proced

For ev

3.1

Abbreviations
FN Final Node
FF Final Function
FS Final Station
fgi Final Group or Individual
fsu Final Station or Function
ON Origin Node
OF Origin Function
oS Origin Station
osu Origin Station or Function
ogi Origin Group or Individual
DC Don’t Care

Addressing type used

reply npessage.

Table 15 — Addressing type

lowing table shows the different addressingymodes used for specific test steps
ure.

ery test message sent from the tesfiequipment, the IUT replies with a corresp

of the

onding

Addr. Test message (from TE) Reply message (from IUT)
Type Fsu| Hgi | FN FF/FS |osu Ogi ON OF/OS |Fsu| Fgi | FN | FF/FS osu ogi ON OF/OS
1 1 D 0 253 1 0 0 254 1 0 0 254 1 0 d 253
See® See’ See’ See®
2. 1 1 | See® Req!: 1 1 0 Regq. 1 1 0 Req. 1 1 See Regq.
MSG, 3 MSG_4 MSG_5 MSG_6
3 0 D 0 Req. 0 0 0 Req. 0 0 0 Req. 0 0 a Req.
NMSG_3 MSG_4 MSG_5 MSG_6
Is the AMJAGENT=ECT value.
Is the AM{MANAGER_FCT value.
A group address dermed i the 11Xed (See requirement MSG_12) or downloaded group directory.
5.2.8.2.3.11 Preamble

During this test, the test equipment shall be:

e enabled to receive a message from the origin function of the test source message (see
requirement MSG_6) of the IUT (see requirement MSG_1) to its final function of the test
source message (requirement MSG_5 as replier_function of am_bind_replier);

e enabled to receive a message from the origin station of the test source message (manager
of the IUT) of the IUT (see requirement MSG_1) to its final station of the test source
message (agent of TE).

If not differently specified, a «function test call message» is an application layer message sent
by the test equipment using:
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the origin function of the function test sink message (see requirement MSG_4);
the final function of the test sink message (see requirement MSG_3);

the IUT physical address as destination device (see requirement MSG_1).

If high and low priority events (see requirement MSG_2 and 10.3.2 of IEC 61375-3-1) are
used by the IUT, all tests shall be repeated for both priorities. The bus administrator shall
apply the different priority Event_Request only for the IUT; for the other slave (Class 2 or
upper device of test equipment) the priority used for Event_Request shall be the same for all
steps.

5.2.8.2.3.1.2 Test steps

The step sequence described in this subclause is organised so as to verify thenindividual

functions depending on the object available or already tested in previous steps.

The fupctions may be verified in a single step, or in a single sequence of stéps, or in different

sequences of steps.

The fdllowing list describes the functions and the step (in pareptheses) where they are

verified.

a) Funpction message (steps 16, 17, 18, 19, 23)

b) StJtion service of TNM (steps 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 66)

c) Mepsages service of TNM (steps 10, 11, 12, 13, 14,20, 21, 22)

d) Domain services of TNM (steps 25, 26, 27, 28,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43,
4447, 48, 49, 50, 51)

e) Cldcks services of TNM (steps 52, 53, 54)

f) Joyrnal services of TNM (steps 55, 60,;61, 62)

g)

Equipment services of TNM (step 63)

If not [differently specified, in this subclause all call/reply shall be executed usipg the

addressing type 1 described in.Table 15.

5.2.8.2.3.1.3 Station_services

THe test equipment shall send a “Call_Read_Station_Status” (see 8.4.2.1 of IEC p1375-
2-fl ) to the JUT. The TE shall receive the “Reply Read_Station_Status” from the IUT
begfore the timeout specified on MSG_11. The “Reply_Read_Station_Status” sent from the
IUT, shall~contain the same device address defined in point MSG_1, the IUT
Stption_Status and the bus_id over which the agent received the call.

The\ test equipment shall send a “Call Read Station Inventory” (see 8.4.P.3 of
IEC 61375-2-1) to the IUT. The TE shall receive the “Reply_Read_ Station_Inventory”
from the IuT before the timeout specified on MSG_11. The
“Reply_Read_Station_Inventory” sent from the IUT shall contain the Station_Id defined in
MSG_7, the IUT Station_Status, and at least a bit of Link_Set set to 1 (link MVB active).”

If supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall send a
“Call_Write_Station_Reservation” (see 8.4.2.4 of IEC 61375-2-1) to the IUT using
command = 1 (reservation), a manager_id (Application_Address), access_type = 0
(WRITEREQ), the reservation_time_out = 3600. In this test, the IUT shall reply with a
“Reply_Write_Station_Reservation”, before the timeout specified on MSG_11, with the
same manager_id sent in “Call_Write_Station_Reservation”. After having received the
reply, the IUT shall verify that the bit SER of device status of the IUT is 1.

The Service_Set field of the Reply_Read_Station_Inventory should be used by the TE to execute or skip the
subsequent steps.
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If supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall send a
“Call_Write_Station_Reservation” (see 8.4.2.4 of IEC 61375-2-1) to the IUT using
command = 1 (reservation), a manager_id not equal to manager_id sent in step 3,
access_type = 0 (WRITEREQ), reservation_time_out = 3600. In this test, the IUT shall
reject the request (time_out reply or “Reply_ Write_Station Reservation” with the
manager_id sent in step 3).

If supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall send a
“Call_Write_Station_Reservation” (see 8.4.2.4 of |IEC 61375-2-1) to the IUT using
command = 1 (reservation a manager_id not equal to manager_id sent in step 3,
access_type = 1 (OVERRIDE), a reservation_time_out = 1. In this test, the IUT shall reply
with a “Reply Write_Station_ Reservatlon before the tlmeout speC|f|ed on MSG_11, with

THe test equipment shall not send any message to the IUT for 2's| (wait
regervation_time_out).

If | supported by the IUT (see step 2), the test equipment (shall send a
“Call_Write_Station_Reservation” (see 8.4.2.4 of IEC 61375-2-1) to IUPUsing coimmand
1 (reservation), the Original_manager_id (Application_Address);~access type = 0
(WRITEREQ), reservation_time_out = 3600. In this test, the WK shall reply |with a
ply_Write_Station_Reservation”, before the timeout specified.on MSG_11, wjth the

[I_Write_Station_Control” (see 8.4.2.2 of IEC 61375%2-1) to the IUT using RYT = O,
test Station_Id shall be the complement of sthe’ origin value read in step 2,
Stption_Name containing the “MVB CONFORMANCE MESSAGEDATA TEST’ stiing. In
this test, the IUT shall reply with a “Reply_Write ‘Station_Control”, before the tjmeout
cified on MSG_11, with the device address:defined in point MSG_1 and the jpus_id

If | supported by the IUT (see step 2), the test/, equipment shall sind a

step 7 was successfully executed, the test equipment shall sgnd a
[I_Read_Station_Inventory” (see 8:4.2.3 of IEC 61375-2-1) to the IUT with test
Stption_Id set in step 7. InZ, this test, the IUT shall reply with a
ply_Read_Station_Inventory”, before the timeout specified on MSG_11, with the test
Stption_Id and the Station_Name-set in step 7 and the IUT Station_Status. The TE shall
velrify the Station_Status comparing it with the value of MVB device_status.

If | supported by the IUF (see step 2), the test equipment shall exedqute a
ITE_STATION_CONTROL to restore the original Station_Id and the Station| Name
re@ad in step 2.

If | supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall exedqute a
“Clall_Read_Function_Directory” (see 8.4.5.3 of IEC 61375-2-1) to IUT. In this test, the

IUIT shall reply with a “Reply_Read_Function_Directory”, before the timeout specified on
MEG—11, m(\lnrhnn the nrlmnnl function list

If supported by the IUT (see step 2 and requirement MSG_13), the test equipment shall
execute a “Call_Write_Function_Directory” (see 8.4.5.4 of IEC 61375-2-1) to the IUT
using the test function directory defined in Table 16.

Table 16 — Test function directory

Function Final station
MSG_3 MSG 7
MSG_6 MSG_7
MSG_4 Station_id of TE_1
MSG_5 Station_id of TE_1

In this test, the IUT shall reply with a “Reply_Write_Function_Directory” before the
timeout specified on MSG_11. If the WRITE_FUNCION_DIRECTORY is not supported but
is possible to download the Function_Directory using the service interface, the
manufacturer of the IUT shall execute this operation in this step.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

If supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Read_Function_Directory” (see 8.4.5.3 of IEC 61375-2-1) to the IUT. In this test,
the IUT shall reply with a “Reply_Read_Function_Directory” before the timeout specified
on MSG_11 including the function_list written in step 11.

If supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Read_Station_Directory” (see 8.4.5.5 of IEC 61375-2-1) to the IUT. In this test, the
IUT shall reply with a “Reply_Read_Station_Directory” before the timeout specified on
MSG_11 including the original station_list.

If supported (see step 2 and requirement MSG_14), the test equipment shall execute a
“Call_Write_Station_Directory” (see 8.4.5.6 of IEC 61375-2-1) to the IUT using the test
station directory defined in Table 17.

Table 17 — Test station directory

Final station Next station Bus id Device address
MISG_7 MSG_7 Read in step 1. MSG_1
MISG_7 MSG_7 Read in step 1. MSG_1
Jtation_id of TE_1 Station_id of TE_1 Read in step 1. Device address of TE_1
Ytation_id of TE_1 Station_id of TE_1 Read in step 1. Device.address of TE_1

In|this test, the IUT shall reply with a “Reply_Write_Station_Directory” before the fimeout
specified on MSG_11. If the WRITE_STATION_DIRECTORY is not supported bput it is
pgssible to download the Station_Directory usingthe service interface, the manufacturer
ofthe IUT shall execute this operation in this step.

If | supported by the IUT (see step 2),” the test equipment shall exedqute a
“Clall_Read_Station_Directory” (see 8.4.55 0of IEC 61375-2-1) to IUT. In this test, the IUT
shiall reply with a “Reply_Read_Station Directory” before the timeout speciffed on
MEG_11 including station directory defined in Table 17.

THe TE shall send a «function test call message» with a one byte of dt_data dafa (see
crf msg_size in 6.3.6.5 of IEC 61375-2-1) to the IUT. The IUT shall copy the rgceived
dt| data into the corresponding reply dt_data field. The IUT shall reply to the TE. The TE
shlall receive the IUT reply message carrying the received dt_data field before the t]imeout
specified on MSG_9. This test shall be executed using the addressing 3 described in
Tgble 15. This test sshall be repeated putting in dt_data each value contained|in the
following list: 0x00,.0x55, OxAA, OxFF.

THe test equipment shall send a «function test call message» to the IUT, wjth the
maximum length of dt_data as declared in MSG_8. The IUT shall copy the rgceived
dt| data into)the corresponding reply dt_data field. The IUT shall reply to the TE. The TE
shall receive the IUT reply message carrying the received dt_data field before the k[meout

specified on MSG_9. The dt_data field shall contain: 0x00, 0x01, 0x02 ... OxFE,| OxFF,
0x00.¥.. until the maximum length is reached. This test shall be executed usihg the
addressing type 3 described in Table 15.

The test equipment shall send a “function test call message” to the IUT, with the dt_data

built in this way:
D----]:
~

Y
AM_ ADDRESS of Size of dt_data of dt data of IUT
TE MD server IUT Call message Call message

Figure 16 — Nesting address with 0x83
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o the 1% byte (0x83 value) is the code to identify the reply procedure in the test
message task of the IUT (see Figure 14);

e the 2" to 5" bytes identify the destination address of the call message of the IUT;

Table 18 — Nesting address

2" 0 | 0 | 0
31 MSG_5

4 Station_id of TE_1
5 0 | 0 | 0

nd aoth : e . .
. ne o o pytes iaen ed (ne € o1 the dl_dala of Ine dll Mmessage

e | the remaining data (10th to N”‘) shall be used as the dt_data of the IUT call megsage.

The IYT shall encode the message and send its call massage. Then the TE will)proddce the
reply ysing the dt_data of the call of the IUT. When the IUT receives the reply,-it copjes the
dt_data to the reply of the first message to the TE as described in Figure14. The TE shall
receive the IUT reply message carrying the received dt_data field before,the timeout splecified
on MS[G_10 This test shall be executed using the addressing type described in Tablg 15. In
this tept the dt_data of IUT call message shall be only a byte. This\test shall be repeated
putting in the dt_data of each value contained in the following list;-0x00, 0x55, 0xAA, OxFF.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

THe test equipment shall repeat test 18 using the same parameters for the first ning bytes
filling the dt _data field with the following sequence: 0xQ0, 0x01, 0x02 ... OxFE,| OxFF,
0x00 ... until the maximum length is reached.

If |supported by the IUT (see footnote to step.2:\and requirement MSG_12), the test
edquipment shall send a “Call_Read_Group_Directory” (see 8.4.5.7 of IEC 61375-R-1) to
IUT. In this test the IUT shall reply with a¢*Reply_Read_Group_Directory”, befgre the
timeout specified on MSG_11, with the original Group_Directory.

If |supported by the IUT (see footnote to step 2 and requirement MSG_12), the test
equipment shall send a “Call_Write_Group_Directory” (see 8.4.5.8 of IEC 61375-P-1) to
IlUT with at least a group where\\the IUT is a member. The TE shall receiye the
“Reply_Write_Group_Directory” cbefore the timeout specified on MSG_11. |If the
WRITE_GROUP_DIRECTORY_ is not supported but it is possible to download the
Group_Directory using the.sérvice interface, the client of IUT shall execute this opgration
in this step.

If pupported by the IUT, (see footnote to step 2 and requirement MSG_12) and if qtep 21
wgs executed, the test equipment shall send a “Call_Read_Group_Directory” (see B.4.5.7
of| IEC 61375-261)" to the IUT. In this test, the IUT shall reply with a
“Reeply_Read .Group_Directory” before the timeout specified on MSG_11 and wjth the
Group_Directory written in step 21.

If the IUT-is a member of a Group (step 21 executed or fixed Group_Direcfory is
prpvided), the test equipment shall send a “function test call message” to the IUT} using
theaddressing type 2 described in Table 15, with at least one byte of dt_datp (see
Cr- _" 0-070.0 0 o =Z=1): e 10 a ePTy e—Sa _ofthe
call message as dt_data of the corresponding reply message. The TE shall receive the
IUT reply message carrying the received dt_data field before the timeout specified on
MSG_9.

If supported by the IUT (see requirement MSG_17), this test shall be executed using the
multicast transport protocol.

If supported by the IUT (see step 2), the test equipment shall execute a
WRITE_GROUP_DIRECTORY to restore the original group_list read in step 20. If the
WRITE_GROUP_DIRECTORY is not supported but it is possible to download the
Group_Directory using the service interface, the manufacturer of IUT shall execute this
operation to restore the original Group_Directory read in step 20.

5.2.8.2.3.1.5 Domain services

The following steps apply to MVB Class 3 or Class 4 devices.
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25.

26.

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Read_Memory” (see 8.4.6.1.2 of IEC 61375-2-1) to a single memory region
(nr_regions = 1) of the IUT with base_address of MSG_23, item_size = 1 and nr_items =
16. In this test, the IUT shall reply with “Reply_Read Memory” before the timeout
specified on MSG_11 including the values in the memory region (see requirement
MSG_23).

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute the
sequence of services type described inTable 19. For every “Call_Write_Memory” (see
8.4.6.2.2 of IEC 61375-2-1) writing values into a single memory region (nr_regions = 1),
the IUT shall reply with a “Reply_Write_Memory”, before the timeout specified on
MSG_11. For every “Call_Read_Memory” (see 8.4.6.1.2 of IEC 61375-2-1) reading single
memory region (nr_regions = 1), the IUT shall reply with a “Reply Read_Memory” before
thé timeout specified on MSG_11.

Table 19 — Read_Memory and Write_Memory sequence

N° | Service | Size Offset nr_ite Address
type as to m 1o 41 2 3 4 5 6 7 8 9¢A B Cc|D E F
base_ad
dress
1 w 4 0 4 |00 00 00 00|00 00 00 00]0G~00 00 00]O00 [00 00 00
2 R 2 0 8 |00 o00]o00 00|00 o00]o00 0000 00|00 00|00 [00]00 o0
3 w 2 2 6 FF FF |FF FF | FF FFYFF FF | EF FF | FF |FF
4 R 4 0 4 |00 00 FF FF|FF FF FFCFF |FF FF FF FF | FF |FF 00 00
5 w 4 4 2 54 55,~56 57 | 58 59 5A 5B
6 R 1 0 16 | 00 | 00 | FF [ FF [ 54 | 55|56 | 57 | 58 | 59 [ 5A [ 5B | FF [|[FF | 00 | 00
7 w 1 5 4 FF {65 | 66 | 67 | 68 | 00
8 R 1 4 6 54| 65 | 66 | 67 | 68 | 59
9 w 1 7 3 FF | 77 | 78 | 79
12 R 1 6 5 66 | 77 | 78 | 79 | 5A | xx
13 w 1 8 3 88 | 89 | 8A | 00
14 R 1 7 5 Xx |77 [ 88 | 89 | 8A | 5B | xx |
15 w 1 6 4 96 | 97 | 98 | 99
16 R 1 5 7 | xx |65 |96 |97 | 98 |99 |8A]S5B |

27.

28.

e | The WRITE_MEMORY service is identified by W into Service type field.
e | The REARAMEMORY service is identified by R into Service type field.
e | The item: size is identified in Size field.

e | The‘base address is the sum of value defined in MSG_23 and value ident|fied in
Offset as to base_address field.

U I'he nr_items Is identried in nr_items tield.

e Every “Reply_Read_Memory” shall contain the values shown in address fields at the
corresponding addresses (XX = don’t care).

e The sequence has been produced to ensure the highest coverage for this test.

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Write_Memory” (see 8.4.6.2.2 of IEC61375-2-1) to two memory regions
(nr_regions = 2) of the IUT with base_address of MSG_23 for the first region and the
same base address added to 8 for the second region. For every region, the item_size = 1
and nr_items = 8. The first region_value_list shall contain the sequence 0x00..0x07, the
second region_value_list shall contain the sequence 0x08..0x0F. In this test, the IUT
shall reply with a “Reply_Write_Memory” before the timeout specified on MSG_11.

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 27 was be successfully
executed, the test equipment shall execute a “Call_Read Memory” (see 8.4.6.1.2 of
IEC 61375-2-1) to two memory regions (nr_regions = 2) of IUT with base_address of
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.
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MSG_23 for the first regions and the same base address added to 8 for the second
region. For every region, the item_size = 1 and nr_items = 8. In this test, the IUT shall
reply with “Reply_Read _Memory” before the timeout specified on MSG_11 with two
memory regions (nr_regions = 2) including, for every region, nr_octets=8 and the same
region_value_lists writen in step 27.

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
WRITE_MEMORY (see 8.4.6.2.2 of IEC 61375-2-1) to the IUT with base_address = 0,
item_size = 1 and nr_items = 16 to restore the values read in the step 25.

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Write_Download_Setup”’(see 8.4.6.3.2 of IEC 61375-2-1) to the IUT with download
command = 0 (DNLD_PREPARE). The IuT shall reply with a
‘R AL v i BOMAHN—C etimeout

If |supported by the IUT (see footnote to step 2) and if the requirementy"MSG| 25 is
ined, the test equipment shall execute a “Call_Write_Download_Setup” (see 8.4.6.3.2
of| IEC 61375-2-1) to the IUT with download command = 1 (DNLDXCHECK_ONLY),
nrf domains = 1, and the base_address defined in MSG_25. The U4/ shall reply|with a
“Reply_Write_Download_Setup” with setup_result = 1 (DOMAIN\BAD_BASE_ADDR)
before the timeout specified on MSG_11.

If |supported by the IUT (see footnote to step 2) and if the requirement MSG| 24 is
defined, the test equipment shall execute a “Call_Write_Download_Setup” (see 8.4.6.3.2
of[ IEC 61375-2-1) to the IUT with download commahd*= 1 (DNLD_CHECK_ONLY),
nr| domains = 1, the base_address and the not valid domain_size defined in M$G_24.
THe IUT shall reply with a “Reply_Write_Downtoad_Setup” with setup_result 2
(DIOMAIN_BAD_SIZE) before the timeout specified on MSG_11.

If |supported by the IUT (see footnote to stép 2) and if the requirement MSG 24 is
ddfined, the test equipment shall execute a,“Call_Write_ Download_Setup” (see 8.44.6.3.2
of [IEC 61375-2-1) to the IUT with downléad command = 2 (DNLD_START_NOERASE),
download_setup_time = 16, nr_domains = 1, the base_address and the domain_size
ined in MSG_24. The IUT shall reply with a “Reply_Write_Download_Setup” befpre the
eout specified on MSG_11, according to requirement MSG_1, , with setup_reslult = 4
(DOMAIN_WRITE_ERR) if thexdomain may not be written or with setup_resylt = 0

If |supported by the IUT((see footnote to step 2) and if the requirement MSG 24 is

equipment shall exeecute a “Call_Write_Download_Setup” (see 8.4.6.3.2 of IEC 61[375-2-
to the IUT) with download command = 2 (DNLD_START_ERASE),
nload_setup ‘time = 16, nr_domains = 1, the base_address and the domain_size
ined in MSG124. The IUT shall reply with a “Reply_Write_Download_Setup” befpre the
eout specified on MSG_11, with setup_result = 0 (DOMAIN_OK).

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 34 or step 33 was exgecuted
with_setup result = 0 and if the requirement MSG_29 is defined, the test equipment shall
cute a “Call Write Download Segment” (see 8.4.6.4.2 of IEC 61375-2-1) to the IUT
with domain_id = 0 and the segment parameters defined in MSG_29. The IUT shall reply
with a “Reply_Write_Download_Segment” before the timeout specified on MSG_11.

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 35 was executed the test
equipment shall execute a “Call_Write_Download_Setup” with download command = 2
(DNLD_TERMINATE_NOBOOT). The IuT shall reply with a
“Reply_Write_Download_Setup” before the timeout specified on MSG_11, with
setup_result = 5 (DOMAIN_BAD_CHECKSUM).

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall repeat step 30.

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if the requirement MSG_28 is
defined, the test equipment shall repeat the step 33 or step 34 that has the reply
setup_result = 0.

If supported by the IUT (see footnot to step 2) and if step 38 was executed the test
equipment shall execute the sequence of “Call_Write_Download_Segment” (see 8.4.6.4.2
of IEC 61375-2-1) to the IUT with domain_id = 0 and the segment parameters defined in
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

MSG_28. For every “Call_Write_Download_Segment” the IUT shall reply with a
“Reply_Write_Download_Segment” before the timeout specified on MSG_11.

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 39 was successfully executed
the test equipment shall execute a “Call_Write_Download Setup” with download
command = 2 (DNLD_TERMINATE_NOBOOT). The IUT shall reply with a
“Reply_Write_Download_Setup” before the timeout specified on MSG_11, with
setup_result = 0 (DOMAIN_OK).

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall repeat the step
30.

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 40 was successfully executed
the test equipment shall execute a “Call Write Download Setup” with download
mand = 6 (DNLD_VERIFY), download_setup_time = 16, nr_domains & [1, the
bgse _address and the domain_size defined in MSG_24. The IUT shall reply’|with a
ply_Write_Download_Setup” before the timeout specified on MS8G2 11| with
up_result = 0 (DOMAIN_OK).

upported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 42 was successfully executed
test equipment shall repeat step 39.

upported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 43 was-successfully executed
test equipment shall execute a “Call_Write_Download)Setup” with doywnload
mand = 2 (DNLD_TERMINATE_NOBOOT). The IUT shallLreply with a “Reply_[Write_
wnload_Setup” before the timeout specified on MSG/11, with setup_resujt = 0

upported by the IUT (see footnote to step 2), and\if step 44 was successfully executed
test equipment shall repeat step 30.

upported by the IUT (see footnote to step,2)and if step 44 was successfully executed
test equipment shall repeat step 42.

upported by the IUT (see footnote to 'step 2) and if step 46 was successfully executed
test equipment shall repeat step 39\but replacing the first segment of sequeng¢e with
ment define in MSG_30.

upported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 47 was successfully executed
test equipment shall execute a “Call_Write_Download_Setup” with download
mand = 2 (DNLDATERMINATE_NOBOOT). The IUT shall reply with a
ply_Write_Download_\_Setup” before the timeout specified on MSG_11[ with

If |supported by the)IUT (see footnote to step 2) and if the requirement MSG 28 is
ined, the test Jequipment shall repeat step 33 or step 34 that have thg reply

If supported\by the IUT (see footnote to step 2) and if step 49 was successfully executed
testequipment shall repeat step 39, but waiting from the call_comfirm of the first
ply. Write_Download_Segment” of the sequence, to next call_request of the second
“Clall<Write_Download_Segmen” of the sequence 3 s.

If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 50 was successfully executed
the test equipment shall execute a “Call_Write_Download_ Setup” with download
command = 2 (DNLD_TERMINATE_NOBOOT). The IUT shall reply with a “Reply_Write__
Download_Setup” before the timeout specified on MSG_11, with setup_result = 0
(DOMAIN_WRITE_ERR).

5.2.8.2.3.1.6 Clock services

52.

53.

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Read_Clock” (see 8.4.8.1.2 of IEC 61375-2-1) to the IUT. The IUT shall reply with a
“Reply_Read_Clock” before the timeout specified on MSG_11 with original time_date in
seconds and ticks.

If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Call_Write_Clock” (see 8.4.8.2.2 of IEC 61375-2-1) to the IUT with time_date in seconds


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

- 76 - 61375-3-2 © |IEC:2012

and ticks, these two parameters shall be different from the values read in step 52. The
IUT shall reply with a “Reply_Write_Clock” before the timeout specified on MSG_11.

54. If supported by the IUT (see footnote to step 2) and if step 53 was successfully executed,
the test equipment shall execute a “Call_Read_Clock” (see 8.4.8.1.2 of IEC 61375-2-1 )
to IUT. The IUT shall reply before the timeout specified on MSG_11 with a
“Reply_Read_Clock” with time_date equal or greater than the value written in step 53.
The difference between the write value and the read value shall be lower or equal to the
value calculated between the sending to the receiving time of the test equipment.

5.2.8.2.3.1.7 Journal services

55. If supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Clall_Read_Journal” (see 8.4.9.1.2 of IEC 61375-2-1) to the IUT with number_er}tries =
1.| The IUT shall reply with a “Reply_Read_Journal” before the timeout specified on
MEG_11. If the number_entries is 1, the test equipment saves the event time_stamp to

56. If |supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipmentishall execute a
WRITE_CLOCK to synchronise the reference time of IUT with the fieference time [of test

57. If provided in MSG_31 the test equipment shall execute the procedure to cause th¢ INFO
58. If |provided in MSG_32 the test equipment shall execute the procedure to cause the
59. If |provided in MSG_32 the test equipment shalliexecute the procedure to cause the

60. If |supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a
“Clall_Read_Journal” (see 8.4.9.1.2 of IEC®1375-2-1) to the IUT with number_entries =
2.|The IUT shall reply with a “Reply_Read_Journal” before the timeout specified on

61. If |supported by the IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a

62. If [supported by the )IUT (see footnote to step 2), the test equipment shall execute a

1. The 1UT shail reply with a “Reply_Read_Journal” before the timeout spgciied on
MEG_11, with-the last entry just caused (ERROR) with the relevant time_stamp.

5.2.8.2.3.1.8 Equipment services

“CaIIRead Eqmpment (see 8.4.10.1.2 of IEC 61375-2-1) to IUT The IUT shaII reply
with a “Reply_Read_Equipment” before the timeout specified on MSG_11.

5.2.8.2.3.1.9 Restore

64. If supported by the IUT (see step 2) and if step 14 was executed, the test equipment shall
execute a WRITE_ STATION_DIRECTORY to restore the original station_list read in step
13. If the WRITE_STATION_DIRECTORY is not supported but it is possible to download
the Station_Directory using the service interface, the manufacturer of IUT shall execute
this operation to restore the original station_list read in step 13.

65. If supported by the IUT (see step 2) and if step 11 was executed, the test equipment shall
execute a WRITE_FUNCTION_DIRECTORY to restore the original function_list read in
step 10. If the WRITE_FUNCTION_DIRECTORY is not supported but it is possible to
download the Function_Directory using the service interface, the manufacturer of the IUT
shall execute this operation to restore the original station_list read in step 10.
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66. The test equipment shall send a “Call_Write_Station_Reservation” (see 8.4.2.4 of
IEC 61375-2-1) to the IUT using command = 2 (release and keep changes), the
Original_manager_id (Application_Address), access_type = 0 (WRITEREQ). In this test,
the IUT shall reply with a “Reply_Write_Station_Reservation”, from the IUT before the
timeout specified on MSG_11. After having received the reply, the IUT shall verify that
the bit SER of device status of IUT is 0.

5.2.9

MVB repeater conformance tests

This subclause describes the tests that will check the conformity of the repeater to
requirements listed in 5.3.1 of IEC 61375-3-1.

The re
redund
where
the reg

The te
IUT sh
frames
units t
IUT. R

5.2.9.1

This t
IEC 61

peater consisis of two nearly identical halves, each one corresponding 1o one
ant lines (A and B). The tests specified in this subclause refer to the config
the repeater is between single-line segments, see figure 17. The configufration
eater is applied as a redundant medium is an option and is not treated.

90

Segment 1 Segment 2

[
| | ] |
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Figure 17— Block diagram of a line

5t bed shall include a test-equipment that is required to generate the frames t
all receive, a measuring and monitoring unit that is required in order to moni
on the line and toymeasure some parameters relevant to the MVB traffic and
nat are MVB nodesvattached to the bus in order to simulate equipment other t
bfer to Annex B-

EMD‘=-MVB repeater test 1

pst is\to check the requirements specified in items a) b) d) and f) of 5
375-3-1 in case of no time overlapping between frames on segment 1 and segm

of the
Uration
where

nat the
tor the
control
nat the

3.1 of
ent 2.

The test equipment shall transmit telegrams constituted by a master frame and the
corresponding slave frame, treated as a whole, with slave frames of all possible lengths and
fixed data subset, through both segments. Frame spacing shall be large enough to avoid
frame overlapping. The repeater will forward each frame through the opposite bus segment.

The measuring and monitoring unit shall:

e check if the frames are correctly repeated (items a) and c) of 5.3.1);

e measure the delays introduced by the repeater for each frame (item f) of 5.3.1) and the
pulse distortion at the output (item d) of 5.3.1).
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A Test bed requirements

The IUT is connected to the test equipment and the measuring and monitoring unit by both
segments as shown in the test bed configuration MRTB1 described in B.2.1.

5.2.91

The ini

.2 Test sequence

tial condition of the device is the following: device powered and ready.

The test is performed through the following steps, repeating the sequence for each segments:

Step 1

The TE sends telegrams with well-calculated delays between segment

1 and

Step 2

Step 3

Step 4

At the

5.2.91

The te
that th

5.2.9.2

This tg
case o

The te

a slave frame (SF-1) of 64.data bits through segment 1, and a telegram formed by a

frame

The frd

and start delimitef of the other frame overlapped), to 5,7 us (see Figure 18).

segment 2 in order to check the capability of the repeater to recognise thg
direction.

The monitoring and measuring unit checks if the frames are correctly, forw
according to 5.3.1.a), from the initial direction to the opposite direction and
forwarded frames are regenerated transparently according to 5.3.1.

The monitoring and measuring unit checks that the measured/delays are of g
3,0 us (5.3.1.1).

The monitoring and measuring unit checks that pulse distortion at the output
than 10,0 ns.

end of the sequence the IUT shall be restored into its(operational state.
.3 Verdict criteria
5t is passed if Step 2, Step 3 and Step 4%are all passed. Any other behaviour

b |[UT fails.

MVB repeater test 2

st aims to check the requirements specified in item a) of 5.3.1 of IEC 61375-
f time overlapping between-frames on segment 1 and segment 2.

5t equipment shall transmit alternately a telegram formed by a master frame (MF

MF-2) and a slaye\frame (SF-2) of 16 bits through segment 2.

me spacing-between SF-1 and MF-2 will vary from 0,7 us (end delimiter of ong

initial

arded,
if the

t most

is less

means

3-1: in

1) and
master

frame

Seg. 1 | SF-1

Seg.2 W sr2 |

Variable

Figure 18 — Frames in test RP-1.2

All the other spacing times shall be large enough. Inter-frame spacing is counted from the

middle

edge of the last bit to the transition of the start bit of the preamble.
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As sp

transmiission direction until the signal received remains stable for 2,0 ps. According

and e
distorti
segme
will tra

It shal
values

5.2.9.2.1 Test bed requirements

The IUT is connected to the test equipment and thesmeasuring and monitoring unit b

segme

5.2.9.2.2 Test sequence

The ini

The te

Step 1

Step 2
Step 3

At the

Last bit End_Delimiter
NL NH

Idle line Start bit

Inter-frame spacing

Frame end Frame start

Figure 19 — Inter-frame spacing

pcified in item a) of 5.3.1 of IEC 61375-3-1, the repeater shall not chan

en if overlapping occurs, SF-1 should be transmitted completely and lwitho
on. MF-2 should be transmitted correctly only in case this frame_.is receive
ht 1 has remained stable for 2,0 us. In other cases, it is not expected-that the rg
hsmit it properly.

cause that MF-2 to be transmitted properly.

nts as shown in the test bed configuration MRTB1 described in B.2.1.

ftial condition of the device is the following: device powered and ready.

The test equipment transmits alternately a master frame and a slave frame of
to segment 1, and a(master frame and a slave frame of 16 bits to segment
spacing between the, slave frame of segment 1 and the master frame of segme
varied between.0;7 pus and 5,7 us by steps of 0,1 ps .

Check that SF+1 is always correctly transmitted.
Check thattMF-2 is transmitted properly only when this frame is received
repeateriafter segment 1 having remained stable for 2,0 pus.

bnd (of,the sequence the IUT shall be forced into its operational state.

je the
o this,
ut any
 after
peater

be checked if SF-1 is always completely transmitted, and Wwhich inter-frame slpacing

y both

5t is performed through the following steps, repeating the sequence for each segments:

64 bits
2. The
nt 2 is

by the

5.2.9.

.9 verdict criteria

The test is passed if Step 2 and Step 3 are all passed. Any other behaviour means that the

IUT fai

Is.

5.2.9.3 MVB repeater test 3

This test is to check the requirements specified in 5.3.1.b) of the IEC 61375-3-1, so the
capability of the repeater to accept pulse distortion at the input of less than +0,125 us is

measu

red.

This test is executed with three different distortion values generated by the test equipment
and applied to the IUT:

+0,83 ps
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+0,104 ps
+0,125 ps
For each distortion value, frames of all possible lengths are fed through both segments. Inter-

frame spacing will be large enough to avoid overlapping. The repeater shall accept the
distortion, regenerate the frame and forward it to the opposite segment.

The following picture shows a master frame without distortion (below), and the same frame
distorted (above).

| — 1 1 1 r— 1 - — - —1./@— . — ’— — " - @—1 — [ ~—1 "—1 [ [
—l_,_L_l NS B N N N [ N [ N N N Ny | N N N I B i | UM
Figure 20 — Pulse distortion

This di|stortion is in the limit of what the repeater should accept. Dependingon the moment
when the transition of the start bit occurs in reference to the checking<of the repeater, the
repeater could consider this frame as incorrect. If it rejects some frames, the percen{age of
incorrect frames will be measured.

Finally] the test is executed with one out of three frames that shall have an out-of-place
transition (see Figure 21).

L]

QOut-of-place
transition

UL

[

Figure 21 — Frame with out-of-place transition

The repeater shall detect this condition and shall consider that a collision has taken pJace in
the segment it was listening te; and transmit the frame without regenerating it.

5.2.9.3.1 Test bed requirements

The IUT is connected-to the test equipment and the measuring and monitoring unit Qy both
segmepts as shown-in the test bed configuration MRTB1 described in B.2.1.

5.2.9.3.2 Test sequence

The ini|tia| condition of the device is the following: device powered and ready.

The test is performed through the following steps, repeating the sequence for each segment:

Step 1 The test equipment transmits frames with a pulse distortion of + 0,83us.

Step 2 Check that the IUT accepts this distortion, regenerates the frame and forwards it to
the opposite segment.

Step 3 The test equipment transmits frames with a pulse distortion of + 0,104 ps.

Step 4 Check that the IUT accepts this distortion, regenerates the frame and forwards it to
the opposite segment.

Step 5 The test equipment transmit frames with a pulse distortion of +0,125 pus.
Step 6 Measure the percentage of incorrect frames.

Step 7 The test equipment transmits one out of three frames with an out-of-place transition.
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Step 8 Check that the IUT detects this failure and transmits the frame without regenerating
it.

At the end of the sequence the IUT shall be forced into its operational state.

5.2.9.3.3 Verdict criteria

The test is passed if the checks of Step 2, Step 4 and Step 8 are all passed. Any other
behaviour means that the IUT fails.

Comment: The test shall be repeated for telegrams with slave frames of all possible lengths.

5.2.9.4‘ MVB repeater test 4

This test is to check the requirements specified in item g) of 5.3.1 of IEC 61375-811-

The tept equipment will transmit a telegram formed by a master frame and-a slave frame of
256 ddta bits. Inter-frame spacing will vary from 1,5 us (this is the case hen an end djlimiter
of one[frame and the start bit of the other frame are overlapped), t0.6/83 us. Other spacing
timing has no constraints so it may be large enough.

MF || SF O |

Variable

Figure 22 ©Frames in test RP-1.4

The repeater’s behaviour shall be chiecked for different values of inter-frame spacing:

e intgr-frame spacing < 2 us: the repeater is not expected to transmit properly frames that
come so close one after another;

e intgr-frame spacing between 2 us and 4 ps: the repeater shall delay the transmisgion of
the|second frame (item g)) of 5.3.1);

e inter-frame spacing > 4 us: the repeater shall transmit the second frame without any|delay.

A Test bed requirements

TS connected to the test equipment and the measuring and monitoring unit gy both
' i i i B2t

5.2.9.4.2 Test sequence

The initial condition of the device is the following: device powered and ready.

The test is performed through the following steps, repeating the sequence for each segment:
Step 1 The test equipment transmits a telegram formed by a master frame and a slave
frame of 256 bits. Inter-frame spacing is set to 1,5 ps.

Step 2 For inter-frame spacing <2 us, check that the IUT does not transmit these frames
properly.

Step 3 For inter-frame spacing between 2 us and 4 ps, check that the IUT delays the
transmission of the second frame according to 5.3.1.9).
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Step 4 For inter-frame spacing >4 us, check that the IUT transmits the second frame without
any delay.

Repeat the sequence increasing the inter-frame spacing by 0,03 us until the value of 6,83 pus.
At the end of the sequence, the IUT shall be forced into its operational state.

5.2.9.4.3 Verdict criteria

The test is passed if Step 2, Step 3 and Step 4 are all passed. Any other behaviour means
that the IUT fails.

5.2.9. MVB repeater test 5
This test is to check the requirements specified in item h) of 5.3.1 of IEC61375-3-1.

According to this subclause, a repeater shall recognise and isolate a segment in which a
contingous transmitter is active for a time longer than a timeout T_jabber_all.

Inter-flame spacing has no constraints so it may be large enough.

The repeater shall transmit the master frames and shall cut the' slave frames that excded the
T_jabber_all time.

5.2.9.5.1 Test bed requirements

The IUT is connected to the test equipment and the measuring and monitoring unit By both
segmepts as shown in the test bed configuration MRTB1 described in B.2.1.

The tgst equipment shall be capable of transmitting the following sequence of frames
alterngtively on segment 1 and segment 2:

e gogd master frame;

o too|long slave frame, with a good slave start delimiter;
e gogd master frame;

e too|long slave frame, without start delimiter.

5.2.9.5.2 Test sequence

The initial condition of the device is the following: device powered and ready.

The tegt is(performed through the following steps:

i 5 n H PR TR bl £t H L [ =
Step 1 e ISt TUUTUTIITTIU STiall trdlfisITit e TUNOWITTY STUUTTILT TISICU 1T V.2

Step 2 The measuring and monitoring unit shall check that the IUT forwards the master
frames and cuts the frames that exceed the T_jabber_all time out.

The sequence is executed three times per segment.
At the end of the sequence the IUT shall be forced into its operational state.

5.2.9.5.3 Verdict criteria

The test is passed if Step 2 is always passed. Any other behaviour means that the IUT fails.

Comment: T_jabber_all is equal to 228,7 us (see 5.3.1 h) of IEC 61375-3-1).
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5.2.9.6 MVB repeater test 6

This test is to check the requirements specified in item €) of 5.3.1 of IEC 61375-3-1.

5.2.9.6.1 Test bed requirements
The repeater shall be tested in a network environment where some MVB devices, called

control units, and a bus administrator are present in order to ensure that it does not affect the
communication between them and in order to check its behaviour in case of collision.

Refer to the test bed configuration MRTB2 described in B.2.1.

The te$t bed generates the following types of data:

e periodic data: the presence of the repeater does not alter the network~behaviour
reglarding the process data transmission, although it introduces a little delay(~1 ps} in the
trapsmission of the frames;

e sporadic data: the presence of the repeater in the network may substantially change the
Evént_Search process. The following behaviour is expected.

Due to| the delay introduced by the repeater, the General Event{Request will be receiyved by
the CU-1 slightly before that of the CU-2. As a consequence, when both CUs want to
participate in the Event_Round, CU-1 will respond with its Event_Identifier_Response [before
the CU-2 does.

The repeater will receive the Event_ldentifier_Respense of the CU-1 in segment 1 before the
Event_|ldentifier_Response of the CU-2 in segment 2; and will forward it to segment 2 ignoring
what itfreceives through this segment.

This will cause a collision in segment 2 _while a unique frame is being transmitted through
segment 1, the Event_ldentifier Response of CU-1 (3.3.1.€)). The BA will receive thig frame
and aspume that there is only one deyice that wants to report an event, the CU-1.

The BA will be able to detectithat CU-2 wants to send an event when at the end|of the
Event |Round the BA sends again a General_Event_Request { NOT new round, answef now},
since CU-1 will not respond.

5.2.9.6.1.1 BA configuration

The following subclauses report the configuration and setup of the bus administrator module
and control unit modules participating in the test bed.

e DeVice‘Address: 0x001

o PetodicBata:
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Table 20 — Configuration of periodic data in BA

Logical address (hex) F_code (hex) Period (ms)
0x001 0 8
0x002 0 8
0x003 1 8
0x004 1 8
0x005 2 8
0x006 2 8
0x007 3 8
0x008 3 8
0x009 4 8
0x00A 4 8

5.2.9.6.1.2 CU-1 configuration
e Device Address: 0x0AA

e Periodic Data: Freshness Supervision8: 2 ms

Table 21 — Configuration of periodic ports in CU-1

"°9i°(a,:eax°;dress F_code (hex) Type Data (hex) | STS limit (ms)
0x001 0 Source 00AA
0x002 0 Sink 12
0x003 1 Seurce 00AA
0x004 1 Sink 12
0x005 2 Source 00AA
0x006 2 Sink 12
0x007 3 Source 00AA
0x008 3 Sink 12
0x009 4 Source 00AA
0x00A 4 Sink 12

The CW-1 will write the specified data to the ports defined as source ports for this devige. The
freshngss timesand the STS (Sink Time Supervisor) have been estimated so that the dqvice is
able to detectan error if a port is not refreshed because of a non-received frame.

° Noh pnrlnr‘hr\ data:

The device will send the following message:

Source device: 0x0AA Destination device: 0x00F
Origin function: 1 Final function: 2
Data size: 256 bytes (all words OxOFOF)

The device shall not wait for an answer. When the message transmission ends it will be sent
again.

8 Basic cycle.


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

61375-3-2 © |IEC:2012 - 85—

5.2.9.6.1.3 CU-2 configuration

e De

vice Address: 0x550

e Periodic Data:

The C

Freshness Supervision: 2 ms

Table 22 — Configuration of periodic ports in CU-2

Logical address (hex) | F_code (hex) Subscription (?]tha) STS limit (ms)
0x001 0 Sink 12
0x002 0 Source 5050
0x003 1 Sink 12
0x004 1 Source 5050
0x005 2 Sink 12
0x006 2 Source 5050
0x007 3 Sink 12
0x008 3 Source 5050
0x009 4 Sink 12
0x00A 4 Source 5050

J-1 will write the specified data to the ports defined.as source ports for this devige. The

freshngss time and the STS (Sink Time Supervisor) haye)been estimated so that the dgvice is

able to detect an error if a port is not refreshed because of a non-received frame.

e No

The dgvice will send the following message:

The dgvice shall not wait for anvanswer. When the message transmission ends it will 4

again.

5.2.9.6.2 Test sequence

The ini

The te
Step 1

Step 2

Step 3

At the

n-periodic data:

Source device: 0x550 Destination device: OxOFF
Origin function: 1 Final function: 3
Data size: 256 bytes (all words Ox00FF)

itial condition.of the device is the following: device powered and ready.

5t is performed through the following steps:

Check that the CU-1 responds to the General_Event _Request sent by the BA

e sent

with its

it ldantif ik Cll.2 rac

= ior roacnaonoan bhaofor BaR-a
VT OCTomCT_TCSPUTT ST oCTUTC UNTCT O U~ Z TCSPUTISTT

Check that a collision occurs in segment 2 and only the Event_Ildentifier_ Response

of the CU-1 is transmitted through segment 1.

Check that the CU-1 does not answer when the BA sends a General_Event_R
{NOT new round, answer now} at the end of the Event_Round.

end of the sequence, the IUT shall be forced into its operational state.

5.2.9.6.3 Verdict criteria

equest

The test is passed if Step 1, Step 2 and Step 3 are performed properly. Any other behaviour

means

that the IUT fails.
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6 Conformance test of RTP

6.1 General
Conforming to the concept stated in the guidelines to conformance testing in IEC 61375-2-2

that ask for a black box testing, the RTP are tested by MVB tests that involve the usage of the
RTP themselves.

No exposed interface between the RTP and the link layer protocol is foreseen so the method
herein is the only one feasible.

RTP i

new behaviour that is unacceptable. The specific test suite selected for_a conformance|test of
this type, therefore, is always a small selection of the infinite set éfyall possible test guites."”
This cgnformance test will be limited to a bounded set of values,

Basic equirements for testing the protocol are:

number of possible process data type is finite;

)

b) reponse time of the protocol is finite;
) staple conditions in which the IUT is waiting for.a new input signal exists;
)

stalus property exists: when a “‘status” message is received, the IUT responds with an
output message that uniquely identifies_its current state;

All basic requirements listed are ownedby MVB.

6.2 Ports and Traffic_Store

Refer f0 6.2.2.2.1 of IEC 61375-2-1.

a) The number of portsfor Process_Data communication is tested by the test 5.2.7.
b) Acgess a port cansistently in one indivisible operation is tested by the test of 5.2.7.

c) Ports belonging*to the same link layer belong to the same Traffic_Store tested by the test
of $.2.7.

d) A port identified within a Traffic_Store by its Port_Address is tested by the test of 5.2.7.

e) A Traffic_Store identified within a device by its Traffic_Store_Id is tested by the [test of
5.2.7.

The shared memory structure cannot be directly tested due to unavailability of explicit
standardised synchronisation between application and network. To improve the confidence
test of 5.2.7.2 which can be accessed simultaneously by the application and the network, it
shall be left running for 6 h.

If the IUT passes these tests, it is capable of reproducing the behaviour of the specification
IEC 61375-2-1, but it remains unknown if the IUT may go into a set of states that produces
erroneous behaviour.

6.3 Dataset consistency

Refer to 6.2.2.2.2 of IEC 61375-2-1 .
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Each port contains exactly one dataset tested by the test of 5.2.7.
A dataset produced by only one publisher application tested by the test of 5.2.7.
Only one source port with a given Port_Address on a bus is tested by the test of 5.2.7

The link layers transmit the contents of a source port within a limited time to the sink ports
subscribed to the same Port_Address and provide consistency of transmitted source port,
tested by the test of 5.2.7.

6.3.1 Error handling

Refer to 6.2.2.2.3 of IEC 61375-2-1 .

Listed pelow are undefined fields in a dataset overwritten with ‘1’ not tested.

a) if the link layer detects that a transmission error occurred;
b) if the link layer detects that its pubisher application does not supply correct data;

c) if the link layer detects that its pubisher application does not supply timely'data.

The link layer shall overwrite the whole port with ‘0’ and is tested by the-test of 5.2.7.

6.3.2 Freshness supervision
Refer fo 6.2.2.2.4 of IEC 61375-2-1.

a) Eagh sink port Freshness_Timer is tested by the test 0f 5.2.7
b) Freshness_Timer retrieved in an indivisible operation and is tested by the test of 5.2.7.
c) ThI resolution of Freshness_Timer shorter or equal to 16 ms is tested by the test of|5.2.7.

d) The range of Freshness_Timer is not tested.

6.3.3 Synchronisation dataset

Refer fo 6.2.2.2.5 of IEC 61375-2-1.
Not tegted.

6.3.4 Dataset polling

Refer fo 6.2.2.2.6 of IEC 61375-2-1.
Not tegqted in this‘standard.

6.3.5 Dataset, port and logical address

Refer to 6.2.2.2.7.1 of IEC 61375-2-1.
Not tested.

6.3.6 Traffic_Store Identifier

Refer to 6.2.2.2.7.3 of IEC 61375-2-1.

Traffic_Store_Id tested by the test of 5.2.8.2.3.1.3 verifies only that it is different from the
value 1 (WTB).

The maximum number of Traffic_Stores supported is not tested.
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6.4 Port_Address

Refer to 6.2.2.2.8 of IEC 61375-2-1.

The Port_Address is one of 4096 ports within the Traffic_Store selected by Traffic_Store_Id. It
is limited to the test address given to the IUT for conformance testing and is tested by the test
of 5.2.7.

6.5 Link_Process_Data_lInterface primitives

Refer to 6.2.2.3 of IEC 61375-2-1.

Primitiyes may vary in implementation, the black box testing is not able to assess_thg direct
complipnce, only expected behaviour can be checked by the test of 5.2.7.

6.6 Messages services and protocols

Refer o 6.3 of IEC 61375-2-1.

Tested by 5.2.8 of this standard.

7 Coagnformance test of NM

From the survey done by the PT61375-2 no network,mahagement services are implemented
in reall TCN devices except user customised services like upload and download of node
supervjsor data base and upload and download of €xecutable object code.

Follow|ng this situation, no reason to develop*NM test suites exist for the time being.
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Annex A
(normative)

Test laboratory role and client role

A.1 Test laboratory and client role

A.1.1 General

implementation at the request of a client. Typically, test laboratories are:

nisations willing to verify TCN implementations themselves beforé~tdsing them.
cade ,they are called second-party test laboratories and belong to a3TCN user;

c) organisations, independent of suppliers or users of TCN impleméntations, whose b
is the testing of such implementations. In this case, they are called third-par
labpratories.

The cllent is responsible for the conformance statements accompanying the IUT and
configyration of the IUT itself. Typically, clients are:

d) implementers or suppliers of TCN IUT who are<applying for their own implementat
be tested;
e) procurers of those implementations, or anycother interested party.

The agplicability of this standard is independent of the relationship between the client 4
implementation so the client is referred.throughout this standard as the IUT supplier.

A.1.2 Overview

The pyrpose of this annex is'\to specify the role, relating to both the test laboratory 3
client, |with reference to the conformance assessment process that is divided intd
phaseg:
a) preparation for testing;
b) test operation;

c) production\of test reports.

The lapgratory role, that is specified by the following subclauses of this annex, is app

called

In this
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ty test

for the
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three
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which are independent.

The following are outside the scope of this annex:

d) the production of diagnostic trace information, additional to that in the conformance log,

for the results of testing performed by the test laboratory, and its supply to the client

e) aspects of test laboratory operations which are not specific to testing implementations of

TCN protocols;
f) accreditation of test laboratories.
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A.2 Preparation for testing

A.2.1 General

This preparatory phase is performed through the execution of the following steps:

a) general administrative steps;

b) agreement on test methods and selection of test suites;

c) exchange of documentation for conformance assessment;

d) preparation of the IUT and the MOT (mean of test) for the testing configuration that results

from_the choice of item b)

During| the preparation phase and, generally, during the conformance assessment pilocess,
technigal issues may arise, because of incompatibility between the characteristics-of the IUT
and thpse of the test equipment and test methods provided by the test laboratory. There are
no gerjeral requirements concerning procedures for the resolution of such’téchnical [ssues.
Howevier, should differences be discovered between the conformance  testing standayd and
the prqgtocol standard, the protocol standard shall have precedence in problem resolution.

A.2.2 General administrative steps
The ggneral administrative steps are:

o thelapplication form and the provision of information,about the IUT by the IUT supplier;

e the| provision of documents, describing the general policy, terms and conditions| to be
follpwed during test operations, by the test laboratory.

A.2.3 Agreement on test methods and selection of test suites

The agreement is based on the exchange of checklists (IUT supplier checklist and test
laborafory checklist) and the successive review of such a checklist in order to reach a basic
agreement on the test methods and-the selection of the test suites. This is a preliminary
activity that is completed by the further activities indicated in Clause A.2.

A.2.3.1 Test laboratory role

The telst laboratory shall review the IUT supplier checklist and shall determine if the test
laborafory offers a testing service which is applicable to the client's proposed IUT. The test
laborafory shall evaluate the client's choice of test suites in the proposed IUT (see A.4.3.2 of
this annex) andishall select the corresponding reference standardised test suites to bg used
in the ¢onformance assessment process.

For eaph'dest suite, the test laboratory shall identify the test equipment and test methogds that
will be TSET:

A.2.3.2 IUT supplier role

The IUT supplier shall review the test laboratory checklist and shall make the choice of which
test methods are to be used for test suites in the proposed IUT in accordance with the claims
for IUT testability and the testing service offered by the test laboratory.

A.2.4 Exchange of documentation for conformance assessment

After the test laboratory and IUT supplier have agreed on the definition of the IUT and on the
test suites and test methods to be used during the conformance assessment, they exchange
detailed information about the IUT. This information resides in documents related to test
preparation: the PICS, PIXIT and any other relevant documents such as identification data for
the IUT and the description of the implementation of hardware and software means for
testing.
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A.2.41 PICS
A2.411 Test laboratory role

There is no requirement of the test laboratory for the provision of PICS for use by the client.
However, the test laboratory may provide copies of the relevant PICS if necessary.

A.2.41.2 IUT supplier role

The IUT supplier shall provide a PICS for each TCN standardised device which is
implemented in the IUT and for which conformance is to be tested.

The IUT supplier shall complete the relevant PICS. The requirements for the provigion of
PICS information are stated in this standard.

A.2.4.2 PIXIT

The role and scope of the PIXIT is to give requirements and further guidan¢e on the stfucture
and implementation of the IUT and the means of testing.

A.2.4.21 Test laboratory role

The tept laboratory shall produce a PIXIT for each standardised test suite for which tegting is
offered.

A.2.4.2.2 IUT supplier role

The IUT supplier shall provide a PIXIT for each standardised test suite to be used for testing,
by completing the relevant PIXIT provided by. the test laboratory with the information relevant
to the |UT.

A.2.4.3 Any relevant documents

The relevant documents, provided by the IUT supplier, contain the following informatign as a
minimym:

— infgrmation related to both the IUT and IUT supplier:

e |administrative information to identify the client, in case that supplementary inforfnation
is considered (useful by the IUT supplier in addition to that included into the dlauses
that report._respectively the PICS called identification of the IUT suppligr and
identification of the implementation under test;

FurthefmoreTit-may be useful to provide a description of the means for testing provided|by the
IUT suppliersand the test equipment used by the test laboratory.

A.2.4.4 Preparation of the IUT and the MOT

This activity consists in the test bed setup where the IUT and the test equipment are
connected together.

A.2.441 Test laboratory role and IUT supplier role

The test laboratory operator and the IUT supplier operator shall co-operate in the activity of
physical connection between the test equipment and the IUT. Some technical issues may
arise like physical interface problems, in such a case an agreement shall be found between
the test laboratory and the IUT supplier in order to solve such problems.
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Test operation

General

This operational phase is performed through the execution of the following steps:

a) static conformance review;

b) selection of test cases and test parameterisation;

c) test campaign.

A.3.2

Static conformance review

During
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A.3.2.1
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A.3.2.7
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A.3.3

The seflection;of test cases and test parameterisation consist in:

the static conformance review, the PICS and any other relevant docume
d by the IUT supplier shall be submitted for review.

Test laboratory role
5t laboratory shall:

fy that the PICS are self-consistent;

fy that the PICS are consistent with the static conformance requirements spec
standard and in the IEC 61375-3-1 to which the IUTs claimed to conform
imum, the following checks shall be made for consistency between the PICS 4
ic conformance requirements:

for each item which is indicated as mandatoryin the status column, check that th
is indicated as supported;

for each item which is indicated as optional and from which a defined subs
supported, check that the indications efisupport are consistent with the requirem

uments submitted by the IUT supplier;

rm the client of the results of<the static conformance review before continuing w
formance assessment process.

IUT supplier role

ory.

Selection'of test cases and test parameterisation

o sel

betion of all those test cases appropriate for the IUT, based on the information

ntation

fied in
. As a
nd the

e item

et are
ent;

fy the consistency of the information“presented in the PIXIT and in any other rg¢levant

ith the

ent shall reviewthe results of the static conformance review performed by the test

in the

PICS, PIXIT and any other relevant documents submitted by the IUT supp

ier, in

accordance with the requirements of its reference standardised test suites of this
document.

A.3.31 Test laboratory role

A.3.3.1.1 Test cases selection

The test laboratory shall select the following test cases provided that they are testable
according to the PICS, PIXIT and any other relevant documents submitted by the IUT
supplier:

e all capability test cases for mandatory capabilities;

e all capability test cases for optional or conditional capabilities that are present in the IUT
according to the PICS;
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e all behaviour test cases for mandatory capabilities;

e all behaviour test cases that are consistent with the optional or conditional capabilities that
are present in the IUT according to the PICS.

A.3.3.1.2 Test cases parameterisation

After the selection of all test cases, the information provided in the PIXIT and in any other
relevant document shall be used to determine the appropriate values for each parameter in
those test cases, in accordance with the documentation of the means of testing and with the
requirements of its reference standardised test suites. The resulting parameterised
executable test suite is then ready to be executed on the IUT.

Examples of types of parameterisation are:

e valpes of network addresses;
e valles of counters;

e valpes of timers;

This ligt is not exhaustive.

A.3.3.7 IUT supplier role
A.3.3.21 Test cases selection

For thg test selection, further to providing the PICS, PIXIT and any other relevant documents,
the IUT supplier shall inform the test laboratory whether or not basic interconnection testing
should|be performed during the test campaign.

A.3.3.2.2 Test cases parameterisation

There pre no requirements of the client*during test parameterisation.

A.3.4 Test campaign

A test campaign is the process’of executing the selected and parameterised test suitejs for a
particular IUT and producing information required for the conformance log.

A.3.4.1 Test laboratory role

During| the test-campaign, the test laboratory shall execute all the test cases relevant|to the
selectgd test\suites and establish for each test case, which one of the following fesults
applieg:

a) pass-verdict;
b) fail verdict;

¢) inconclusive verdict;

d) test case error;

e) executable test case error;

f) abnormal test case termination.

For each test case that produced a fail verdict, the test laboratory shall assess whether the
verdict was associated with an unidentified test event in the test case. If this is not the case,
the test laboratory shall record the fail verdict for this test case in the protocol report. If this is
the case, the test laboratory shall determine whether there is a test case error, that is,
whether the event which matched the unidentified test event was valid according to the
protocol and should have been defined in the test case. If so, the test laboratory shall indicate
in the protocol report that the test case was “not run” together with the reason why.
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For each test case that produced an inconclusive verdict, the test laboratory shall re-run the
test case at least once. If a pass or fail verdict is produced during a subsequent execution,
that verdict shall be recorded in the protocol report. If an inconclusive verdict is produced
during subsequent execution(s) of the test case and the test case behaviour is the same as in
previous executions, the inconclusive verdict shall be recorded in the protocol report.

For each test case that has a test case error, the test laboratory shall indicate in the protocol
report that the test case was “not run” together with the reason why.

For each test case that produced either an executable test case error or an abnormal test
case termination result, the test laboratory shall re-run the test case. If the same result is
produced,the test Inhnrnfnry shall indicate in the protocol report that the test case was “not

run” together with the reason why.

A.3.4.7 IUT supplier role

The client shall ensure that the IUT and, if required, an IUT operator are available throughout
the agfeed test campaign period. The client shall co-operate with the test-laboratory to make
any chianges to the IUT or its environment which are required in order to enable execytion of
all the test cases and shall review the documentation of such changes.

There pre no requirements on the client concerning analysis of\Verdict assignments. However,
during |the test campaign, the client may request a re-run of any test case that producef a fail
verdict] if not satisfied that the test case correctly diagnosed an error in the IUT.

A.4 |Production of test reports

A.4.1 General
This cylminating phase is performed through the execution of the following steps:

a) IUT conformance test report;
b) protocol conformance test report;

The report listed in item a) shall be produced by the test laboratory while the test report listed
in item|b) shall be produced.in case that it is requested by the IUT supplier.

A.4.2 IUT conformance test report

IUT cgnformance/test report provides a summary of the results of the conformance [esting
performed onsthe supplier's IUT.

A.4.2.1 Test laboratory role

The test laboratory shall produce the report using a pro-forma that includes:

e the list of reference standardised test suites against which testing has been carried out,
together with reference to this standard including the publication date;

e details of any amendments or addenda, if existing, with which the IUT is claimed to
conform;

e a brief explanation of the nature of the TCN testing and in particular that there is no
guarantee that the IUT that has passed all the tests will inter-operate with other real TCN
systems;

e clear and unambiguous statements if non-conformance has been demonstrated in any of
the test cases, or if any areas of concern have been observed;
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e recording of the agreement between the test laboratory and the client on the definition of
what part(s) of the system, that is/are submitted to the TCN testing, is/are considered to
be the IUT during testing.

The report shall be made available to the client by the test laboratory at the end of the
conformance assessment process.

A.4.2.2 IUT supplier role

There are no requirements on the client role during the production of the report.

The client should review the report and, in the case of disagreement with the test laboratory
over it$ content, should supply comments to be filed, as an annex, in the report itself;

A.4.3 Protocol conformance test report

At the|[client's request, the test laboratory shall provide an accompanying documentatli]on for
each test suites and test case for which conformance testing has been gafried out during this
conforfmance assessment process.

A.4.3.1 Test laboratory role
The te$t laboratory shall produce the report using a pro-forma.that includes:

e a lipt of the test suites and test cases which were sefected;

e a list of the test suites for which corresponding executable test cases were [run to
completion during the test campaign;

o the|verdicts assigned to those test cases thathwere run to completion;
e obgervations (if any) made by the test laboratory during the test campaign;

e a list of test cases which are selected-but reported as being “not run” They include those
which produced a test case error ef, an abnormal test case termination;

e corfformance logs on paper or'en magnetic support readable for the IUT supplier.

A.4.3.7 IUT supplier role

The client shall inform_the test laboratory whether or not the protocol conformance test report
and th¢ associated conformance logs are to be provided.

The cllent shoutd-review the report and, in the case of disagreement with the test labpratory
over it$ content,"should supply comments to be filed, as an annex, in the report itself.
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Annex B
(informative)

Test instrumentation and dedicated test beds

B.1 Standard test instrumentation

The standard instruments for test suites shall be chosen by the laboratory according to the
specifications given by the relevant clause of this standard. All standard instruments used,
type, brand, and primary characteristics shall be Tisted and reported in the specific IUTJreport.
All toldrances, precisions, accuracies, repeatability, stability of the standard instrumentfs shall
be betier than or equal to those specified by the relevant test clause.

B.2 |Dedicated test beds

B.2.1 MVB repeater test bed configuration

The following figures show the test bed configurations for MVB repeater testing.

The tegt bed configuration MRTB1 is shown in Figure B.1,

| A
TE.© RP wMwmuU
LI

Terminator

Figure B.1 — Test bed configuration MRTB1

The test equipment shall be able 1o:

e generate good and faulty master and slave frames on both lines A and B;

e control timing of frames in order to generate any required timing for test purposes.

The test bed configuration MRTB2 is shown in Figure B.2.
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Seg. | RP Seg. Il
al 11 A
BA CU-1 CU-2

Figure B.2 — Test bed configuration MRTB2

Becauge the aim of this test bed is to analyse the influence of the repeater, pn the
communication between MVB devices, a monitoring and measuring unit will be cohnected to
both sLegments to check the expected test results. The position of the monitoring and
measufing unit is the one that is suitable to read the frames seen by the bus admin|strator
and by|the control unit 2.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRONIQUE FERROVIAIRE -
RESEAU EMBARQUE DE TRAIN (TCN) -

Partie 3-2: Essais de conformité MVB (Bus de Véhicule Multifonctions)
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La Norme internationale CEIl 61375-3-2 a été établie par le comité d’études 9 de la CEl:
Matériels et systémes électriques ferroviaires.

Cette premiére édition annule les articles de la premiére édition de la CEIl 61375-2 publiée en
2007 applicables a la spécification des essais de conformité MVB dont elle constitue une

révisio

n technique.

Elle a été établie compte tenu de la premiére édition de la CEl 61375-3-1.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
9/1645/FDIS 9/1669/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une lidte de toutes les parties de la série CElI 61375, présentées sous le titre général\Watériel
électranique ferroviaire — Réseau embarqué de train(TCN), peut étre consultée sur-le site web
de la QEI.

Le conité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié-avant la date de
stabilite indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch™/dans les données
relativgs a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* recpnduite,

* sugprimée,

* renplacée par une édition révisée, ou

*+ amgndée.

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se‘trouve sur la page de couverture de|cette
publiciation indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utjles a
une brfnne compréhension de son conténu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,

imprimer cette publication en utilisant'une imprimante couleur.
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INTRODUCTION

Le TCN est une Norme internationale dont I'objet est de définir les interfaces permettant

d’obtenir la compatibilité de connexion:

a) entre des équipements situés dans des véhicules différents, et

b) entre des équipements et dispositifs situés a I'intérieur du méme véhicule.

Le succés du déploiement d’'une technologie repose en partie sur la normalisation et
I'interopérabilité des différentes mises en ceuvre. Pour faciliter I'interopérabilité, il convient

d’effectuer un essai de conformité.

La prégente partie de la CEl 61375 spécifie les essais de conformité du MVB définildans la

CEI 61375-3-1.

La présente norme est structurée en 5 articles et 2 annexes.

Les arficles et annexes sont répertoriés et décrits de maniére succincté’dans le Tableau 1.

Article

1 Ddmaine d'application

Rgférences normatives

Termes et définitions

4 Espai de Conformité: approche,
exfigences et limites

5 Esfsai de conformité d’un dispositif
MYyB

6 Eskaide conformité de RTP

Tableau 1 — Structure du document

Description

Cet article décritle domaine d’application de I3 présente
norme

Cet articlescomprend une liste des normes réfdrencées.

Cet article précise les termes et abréviations de base
absents de la CEl 61375-3-1.

Cet article présente les méthodes de vérification de la
mise en ceuvre du TCN dont dispose le développeur et le
personnel de réglementation.

Il fournit des informations relatives aux formulgs pro forma
ICS et IXITp.

Cet article couvre tous les essais relatifs aux dispositifs
MVB regroupés par classes, de la Classe 0 a la Classe 4.
Les principaux contenus sont les suivants:

les PICS et PIXIT du MVB;
les suites d’essais MVB;

les modes opératoires MVB.

Cet article couvre les essais de conformité ded protocoles

7 Essai de conformité du NM

Annexe A — Roéle du laboratoire d’essai
et réle du client

Annexe B — Instruments d’essai et
bancs d’essai dédiés

en temps réel.

Cet article couvre les essais des services de gestion de
réseau

Cette annexe est normative.

Cette annexe est informative.
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MATERIEL ELECTRONIQUE FERROVIAIRE -
RESEAU EMBARQUE DE TRAIN (TCN) -

Partie 3-2: Essais de conformité MVB (Bus de Véhicule Multifonctions)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61375 s’applique a tous les équipements et dispositifs mis en

ceuvre
appliqu
L’appli
vérifica
conditi
ceuvre

NOTE 1
2 Ré

Les dg
partie,
référer
dernié

conformément a la CEI 61375-3-1, c’est-a-dire qu’elle couvre les modes opérat
er a ces équipements et dispositifs dont il convient de démontrer la conformite.

cabilité de la présente norme a la mise en ceuvre d’un TCN permet de praocéder
tion de conformité individuelle de la mise en ceuvre elle-méme et |constitd
bn préalable a un contrdle approfondi de l'interopérabilité des différentes mi
du TCN.

Pour un exemple de la mise en ceuvre du TCN, voir 'UIC 556.
férences normatives

cuments suivants sont cités en référence de maniere normative, en intégralité
dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pq
ces datées, seule I'édition citée s’applique.*Pour les références non daté

amend

CEI 60063:1963, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs
Amendement 1:1967
Amendement 2:1977

CEI 60571, Equipements électroniques utilisés sur les véhicules ferroviaires

CEl 6
a 3 MH

CEl 61
Partie

CEl 61

ments).

807 (toutes les pacrties), Connecteurs rectangulaires utilisés aux fréquences infé
z

375-2-1, Materiel électronique ferroviaire — Réseau embarqué de train (T
P-1: Bus-de train filaire (WTB)

375222, Matériel électronique ferroviaire — Réseau embarqué de train (T

bires a

a une
e une
5es en

ou en
ur les
es, la

e édition du document de référence os’appliqgue (y compris les éventuels

rieures

CN) -

CN) -

Partie

P~2vBus de train filaire — Essais de conformité

CEIl 61

375-3-1, Matériel électronique ferroviaire — Réseau embarqué de train (TCN) -
Partie 3-1: Bus de Véhicule Multifonctions (MVB)

ISO/CEIl 8482:1993, Technologies de [linformation — Télécommunications et échange
d’information entre systémes — Interconnexions multipoints par paire torsadée

ISO/CEI 9646-1:1994, Technologies de l'information — Interconnexion de systémes ouverts
(OSI) - Cadre général et méthodologie des tests de conformité — Partie 1: Concepts généraux
(Egalement disponible en tant qu’UIT-T Recommandation X.290 (1995))

ISO/CEI 9646-7:1995, Technologies de l'information — Interconnexion de systemes ouverts
(OSl) - Essais de conformité — Méthodologie générale et procédures — Partie 7: Déclarations
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de conformité des mises en ceuvre (Egalement disponible en tant qu’UIT-T Recommandation
X.296 (1995)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans
I'ISO/CEI 9646-1 et la CEl 61375-3-1 s’appliquent.

4 Essai de conformité: approche, exigences et limites

4.1 Approche

La prégente norme spécifie une méthodologie générale d’essai de conformité a-la nofme du
protocple TCN des produits, dans laquelle il est prévu de mettre en ceuvre la nofnie.

Elle s compose d’articles structurés en différentes phases de processus d'esspis de
conformité, chacune de ces phases étant caractérisée par les réles suivants:

a) la [spécification de suites d’essais abstraites pour les protecoles TCN partiguliers,
conformément a I'lSO/CEI 9646-1;

b) la déduction des suites d’essais exécutables et des outilsxd’essai associés, conformpément
a I')|SO/CEI 9646-7;

L’Anngxe A précise les régles relatives aux clients et@ufaboratoire, en indiquant:

c) le 6le du client d’'un laboratoire d’essai, aveé une mise en ceuvre des protocoles [TCN a
soymettre a essai;

d) la réalisation des essais de conformité,,donnant lieu a un rapport d’essai de conformité
précisant les résultats en termessde suite(s) d’essais utilisée(s), ainsi gu’a la
dogumentation appropriée produite.

Dans tous les articles de la présente norme, le domaine d’application est limité pfin de
satisfajre aux objectifs suivants:
e) obtenir un niveau de confiance approprié des essais comme guide de conformité;

f) podvoir comparer fes résultats des essais correspondants en différents endrpits et
instants;

g) fac|liter la communication entre les parties responsables des rbéles décrits ci-dessus

Chaqug objectif/implique d’utiliser un cadre de développement des suites d’essais dy TCN,
répertqriées ci-apreés:

h) la Imaniere dont il convient de respecter les différentes exigences en matiére de

conformité;

i) les types d’essai a normaliser et ceux dont la normalisation est inutile;

j) les critéres de sélection des essais a inclure dans la suite d’essais de conformité;
k) la notation a utiliser pour définir les essais;

[) la structure d’une suite d’essais.

La certification, procédure administrative qui peut suivre les essais de conformité, n’entre pas
dans le domaine d’application de la présente norme.

Les exigences d’approvisionnement et de contrats ne relévent pas du cadre du domaine
d’application de la présente norme.
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411 Exigences
4111 Généralités

Dans le contexte du TCN, un systéme réel est déclaré conforme s’il répond aux exigences
des articles applicables de la norme TCN dans sa communication avec un systéme de
référence, c’est-a-dire I'appareil d’essai.

Une norme TCN est un ensemble d’articles connexes qui, ensemble, définissent le
comportement des systémes TCN dans le cadre de leur communication. Par conséquent, la
conformité a une IUT est exprimée a deux niveaux: conformité a chaque article individuel et
conformité a 'ensemble des articles.

Les arhicles suivants définissent les exigences de conformité et les classent eh. groupes
réalisaples et en fonction des attributs. Les attributs et regroupements sont définis’d’up point
de vug général en référence a une spécification TCN proprement dite et du point de yue de
I'IUT. Dans le deuxiéme cas, les exigences doivent étre déclarées dans les PICS ef PIXIT
approgriées.

4.1.1.2 Exigences de conformité
Les exjgences de conformité peuvent étre:

a) obll|gatoires: elles doivent étre observées dans tous les cas;

b) corjditionnelles: elles doivent étre observées si des' conditions définies dans [article
s’appliquent;

c) facpltatives: elles peuvent étre sélectionnées enyfonction de la mise en ceuvre, a condition
d’opserver les exigences applicables a I'optien.

Les fpnctionnalités essentielles du TCN~ font I'objet d’exigences obligatoires, les
fonctiohnalités supplémentaires pouvant™ faire |'objet d’exigences conditionnellgs ou
facultafives.

En outfe, les exigences de conformiité d’'une Partie peuvent étre définies:

d) de maniére positive: elles définissent ce qui doit étre fait;

e) de maniére négative (interdictions): elles définissent ce qui ne doit pas étre fait.
Enfin, |es exigences_de’/conformité forment deux groupes:

f) exigences dé<conformité statique;
g) exigences-de conformité dynamique;

et sonf respectivement présentées en 4.1.1.3 et en 4.1.1.4.

41.1.3 Exigences de conformité statique

Pour faciliter I'interopérabilité, les exigences de conformité statique définissent les capacités
minimales admises d’'une mise en ceuvre. Ces exigences peuvent se situer a un niveau
étendu, tel que le groupement d’unités fonctionnelles et d’options en classes de protocole, ou
a un niveau détaillé, tel qu'une plage de valeurs a prendre en charge pour les paramétres
spécifiques des temporisateurs.

Les exigences de conformité statique et les options des parties du TCN peuvent étre de deux
sortes:

a) celles qui déterminent les capacités a inclure dans la mise en oceuvre du protocole
particulier;
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b) celles qui déterminent les dépendances multicouches, celles, par exemple, qui imposent
des contraintes sur les capacités des couches sous-jacentes du systéme qui héberge la
mise en ceuvre du protocole. Ces éléments sont susceptibles de se trouver dans les
parties supérieures de la couche (gestion de réseau en fonction des protocoles en temps
réel, par exemple).

Toutes les capacités qui ne sont pas explicitement définies comme des exigences de
conformité statique doivent étre considérées comme étant facultatives.

41.1.4 Exigences de conformité dynamique

Les exigences de conformité dynamique sont toutes les exigences (et options) qui
déternfinent 1€ comportement observable admis par la pariie appropriee du TCN _dgns les
instanges de communication. Elles représentent la plus grande partie de chaque documient de
protocple TCN. Elles définissent 'ensemble des comportements admissibles d:Une nlise en
ceuvre|ou d’un systéme réel. Cet ensemble définit la capacité maximale dont dispoge une
mise ep ceuvre ou un systeme réel conforme dans le cadre du document de protocole TICN.

Un systéme répond aux exigences de conformité dynamique). 'd’'une instange de
commuynication si son comportement entre dans le cadre de tous les.Comportements|admis
par la partie appropriée du protocole TCN en cohérence avec la PICS.

4.1.1.41 Systéme conforme

Un sys$téme ou une mise en ceuvre est conforme lorsqu’il ou elle satisfait a la fdis aux
exigenges de conformité statique et dynamique, en aetord avec les capacités établies dans la
PICS, pour chaque protocole présent dans la déclaration de conformité du systéme.

4.1.1.4.2 Interopérabilité et conformité

Les 4gssais de conformité ont poursSprincipal objectif d’augmenter la probabilité
d’interppérabilité des différentes mises en-ceuvre.

L’interppérabilité de deux systémés ouverts réels ou plus a plus de chances d’abgutir si
lesdits|systémes sont tous conformes au méme sous-ensemble d'une partie du TCN ¢u a la
méme [sélection des parties du.TCN, que s’ils ne le sont pas.

Pour préparer la réussite'de I'interopérabilité de deux systémes ou plus, il est recommandé
de conmpparer leurs déclarations de conformité et leurs PICS.

Si les PICS indiquent plusieurs versions d’'une partie appropriée du TCN, les différenceg entre
chacune d’elles’ et leurs implications doivent étre identifiées, y compris concernapht leur
utilisatlon, combinée avec d’autres parties.

La conformité étani une condilion nécessaire, ce n'est pas en soi une condition suffisante
garantissant la capacité d’interopérabilité. Méme si deux mises en ceuvre sont conformes a la
méme partie du protocole TCN, leur interopérabilité peut échouer en raison de facteurs ne
relevant pas du domaine d’application de la présente norme.

L’interopérabilité d’essai est recommandée pour détecter ces facteurs. Il est possible
d’obtenir des informations supplémentaires pour faciliter l'interopérabilité entre deux
systémes en étendant la comparaison PICS a d’autres informations pertinentes, y compris les
rapports d’essai et les PIXIT. La comparaison peut porter sur:

a) les mécanismes supplémentaires censés régler les ambiguités ou déficiences connues qui
n‘ont pas encore été corrigées dans la norme TCN ou dans les systémes réels
homologues, par exemple une solution aux problémes liés aux multicouches;

b) la sélection d’options libres qui ne sont pas prises en compte dans les exigences de
conformité statique des parties du TCN;
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c) l'existence de temporisateurs non spécifiés dans les parties du TCN et leurs valeurs
associées.

NOTE La comparaison est possible entre deux systémes, entre deux types ou plus de produit ou, pour la
comparaison de la PICS uniquement, entre deux spécifications ou plus d’approvisionnement, d’autorisations de
connexion, etc.

4.1.2 Déclaration d’exigences d’une IUT
4.1.2.1 Déclaration de conformité d’'une mise en ceuvre de protocole (PICS)

Pour évaluer la conformité d’'une mise en ceuvre particuliere, il est nécessaire d’établir une
déclarati ité i i 2té mi ions qui
omises, de maniére a pouvoir soumettre la mise en ceuvre a essai de conformité en
des exigences appropriées, et uniguement en fonction de celles-la. €e.type de
déclaration est appelé Déclaration de conformité d’une mise en ceuvre de protocole’(PICS).

Dans yne PICS, il convient de distinguer les catégories d’'informations suivantes, qui peuvent
contenjr:

a) deg informations relatives aux exigences de conformité statique-obligatoires, facultatives
et ¢onditionnelles du protocole proprement dit;

b) deg informations relatives aux exigences de conformité statique obligatoires, facultatives
et ¢onditionnelles pour les dépendances multicouches.

Si un ensemble de protocoles TCN interdépendants a été mis en ceuvre dans un systéme,
une PICS est nécessaire pour chaque protocole. Une déclaration de conformité du systéme
est également nécessaire pour récapituler tous les.protocoles du systeme pour lesqugls une
PICS distincte est fournie.

4.1.2.2 Informations complémentaires'de mise en ceuvre du protocole destinées aux
essais (PIXIT)

Pour doumettre a essai une mise sen’ ceuvre de protocole, le laboratoire d’essai a |[besoin
d’informations liées a I'lUT et ‘a-~son environnement d’essai, en plus des infornations
apportees par la PICS. Ces «-lformations complémentaires de mise en ceuvre du protocole
destinges aux essais » (PIXIT) sont fournies par le client qui soumet la mise en celuvre a
I’essai aprés avoir consulté le laboratoire d’essai.

Les PIKIT peuvent contenir les informations suivantes:

a) les| informations dont a besoin le laboratoire d’essai pour pouvoir exécuter 13 suite
d’epsais appropriée sur le systéme spécifique (les informations relatives a la mgthode
d’epsai~a. utiliser pour exécuter les cas d’essai, les informations d’adressage, par
exgmple);

b) les mformmations d&ja mentionmées dans fa PTCSetquidoivent &étre précisées (irtonvient,
par exemple, de préciser dans les PIXIT une plage de valeurs de temporisation déclarée
comme un paramétre dans la PICS);

c) les informations permettant de déterminer les capacités mentionnées dans la PICS
comme étant prises en charge qui peuvent étre soumises a essai et celles qui ne peuvent
pas I'étre;

d) d’autres éléments administratifs (I'indicatif de I'lUT, la référence a la PICS connexe, par
exemple).

Il convient que les PIXIT n’entrent pas en conflit avec la PICS appropriée.

Le rédacteur de spécification de suites d’essais abstraites, la personne chargée de la mise en
ceuvre de 'essai et le laboratoire d’essai contribuent tous au développement de la formule pro
forma PIXIT.
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4.2 Limites

4.2.1 Généralités

Les essais de conformité définis dans la présente norme portent sur la conformité aux articles

du TCN spécifiés dans la CEI 61375-3-1.

En principe, les essais de conformité ont pour objet d’établir si la mise en ceuvre en es
conforme a la spécification de I'article correspondant. Des limites pratiques empéchen

sai est
t toute

exhaustivité, et des considérations d’ordre économique peuvent encore plus limiter les
essais.Par conséquent, la présente norme distingue quatre types d’essais, selon I’étendue de

I'indication de conformité qu’ils fournissent:

a) esdais d’interconnexion de base, qui offrent un commencement de preuve que.l’' HUT est
corjfforme;

b) esdais de capacité, qui permettent de vérifier que les capacités observablés de I'lUT sont
corfformes aux exigences de conformité statique et aux capacités demandées dans la
PIGS;

c) esdais de comportement, qui permettent de procéder a des essais)aussi exhaust|fs que
pogsible sur toute la gamme des exigences de conformité dynamique dans le cadre des
capacités de I'lUT;

d) esdais de résolution de conformité, qui examinent en profondeur la conformité d’'ung IUT a
deg exigences particuliéres, afin d’apporter une réponseypositive/négative précise et des
infgrmations de diagnostic liées a des questions delconformité particulieres. Ceq types
d’epsai ne sont pas abordés dans la présente norme.

Les espais a), b), c) et d) sont décrits en détail dans,les paragraphes suivants.

Les relations a l'interopérabilité et aux performances sont abordées ci-aprés et sont définies

de maniére a clarifier leurs limites.

4.2.2 Essais d'interconnexion de-base

Les esjsais d’interconnexion de-base permettent d’effectuer des essais limités d’'une IUT afin

d’établjr que la conformité est suffisante pour que l'interconnexion soit possible , sang tenter

d’effectuer des essais plus approfondis.

4.2.2.1 Applicabilité-des essais d’interconnexion de base

Les espais d’interconnexion de base:

a) permettent.de détecter les cas graves de non-conformité;

b) font office de filtre préalable a des essais plus onéreux;

C) donhrentuhr-commencementdind ehR-Se+eh—tagHeHe—the—Hse—-ehR—sthHe—¢ a-satisfait a

tous les essais de conformité dans un environnement est toujours conforme dans un
nouvel environnement (par exemple, avant I'essai d’'une mise en ceuvre (N), il s’agit de
vérifier qu’une mise en ceuvre (N - 1) soumise a essai n’a pas fait I'objet de modifications
graves en raison de sa relation avec la mise en ceuvre (N));

s’adressent aux utilisateurs des mises en ceuvre, afin de déterminer si celles-ci peuvent
étre utilisées pour communiquer avec d’autres mises en ceuvre conformes, en préalable a
des échanges de données, par exemple.

Les essais d’interconnexion de base:

e)

f)

ne peuvent pas faire office de base de déclaration de conformité par le fournisseur d’une
mise en ceuvre;

ne peuvent pas intervenir pour déterminer les raisons d’une défaillance de communication.


https://iecnorm.com/api/?name=8647a4201784bd43d1785137b8905cca

-112 - 61375-3-2 © CEI:2012

Les essais d’interconnexion de base constituent un sous-ensemble normalisé d'une suite
d’essais de conformité (y compris les essais de capacité et de comportement). lls peuvent
étre utilisés en tant que tels ou dans le cadre d’une suite d’essais de conformité. L’existence
et I'exécution des essais d’interconnexion de base sont facultatives.

4.2.3 Essais de capacité

Les essais de capacité permettent de soumettre a essai de maniére limitée chacune des
exigences de conformité statique d’une partie, afin de déterminer quelles capacités de I'lUT
peuvent étre observées et de contrbler que ces capacités observables respectent les
exigences de conformité statique et la PICS.

4.2.3.1 Applicabilité des essais de capacité
Les espais de capacité:

a) permettent de vérifier, dans toute la mesure du possible, la cohérencende’la PICE avec
"U[T;

b) font office de filtre préalable a des essais approfondis plus onéreux;

c) permettent de vérifier que les capacités de I'lUT sont cohérentés avec les exigentes de
corfformité statique;

d) permettent d’activer la sélection efficace des essais de comportement a réaliser pqur une
IUT| particuliére;

e) lorgqu’ils sont associés a des essais de comportement, font office de déclaratipns de
corlfformité.

Les espais de capacité:

f) ne ppeuvent pas faire office, en tant que tels, de base de déclarations de conformité par le
fournisseur d’'une mise en ceuvre;

g) nejsont pas appropriés aux essais détaillés du comportement lié a chaque capacité qui a
étélmise en ceuvre ou non;

h) ne |sont pas appropriés a la.résolution des problémes rencontrés pendant la durée|de vie
ou Jorsque d’autres essais(indiquent d’éventuelles non-conformités, méme si les essais de
capacité ont été satisfaits.

Les egsais de capacité)sont normalisés au sein d’une suite d’essais de conformjté. lls
peuvent étre séparés._dans leur propre groupe(s) d’essai ou fusionnés avec les esdais de
compoftement.

4.2.4 Essais'de comportement

Les espdis, de comportement permettent de soumettre une mise en ceuvre a essai de maniére
aussi preeise ote ta plat;quc te pcllllct, str—totte—ta gamme des CA;UCII\JUD gde—eonformité
dynamique spécifiées dans une partie. Compte tenu du nombre illimité de combinaisons et de
temporisations possibles d’événements, ces essais ne peuvent pas étre exhaustifs. Il existe
une limitation supplémentaire, a savoir que ces essais sont congus pour étre exécutés
collectivement dans un seul environnement d’essai, de sorte que tous les défauts difficiles,
voire impossibles, a détecter dans ledit environnement sont susceptibles de ne pas étre
détectés. Par conséquent, il est possible qu’'une mise en ceuvre non conforme satisfasse a la
suite d’essais de conformité, un objectif de la conception étant d’en limiter le nombre.

Les essais de comportement et constituent avec les essais de capacité la base du processus
d’évaluation de la conformité.

Les essais de comportement ne sont pas adaptés:
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a) a la résolution des problémes rencontrés pendant la durée de vie ou lorsque d’autres
essais indiquent d’éventuelles non-conformités, méme si les essais de comportement ont
été satisfaisants.

Les essais de comportement sont normalisés comme la plus grande partie d’'une suite
d’essais de conformité.

NOTE Les essais de comportement comprennent les essais de validité du comportement de I'lUT en réponse a
un comportement de protocole valide, inopportun ou non valide du point de vue syntaxique, réalisé par le véritable
appareil d’essai. Ceci comprend la vérification par essai du rejet par I'lUT des tentatives d’utilisation des fonctions
(capacités) définies dans la PICS comme n’étant pas mises en ceuvre. Par conséquent, il n’est pas utile d’intégrer
les essais des capacités ignorées de la PICS.

4.2.5 Essais de résolution de conformité

Les essais de résolution de conformité offrent des réponses diagnostiques, aussi“définitives
que po¢ssible, a la résolution permettant de savoir si une mise en ceuvre' satisfait|a des
exigenges particuliéres. En raison des problémes d’exhaustivité, des réponses définitivgs sont
obtenues en limitant les essais a un domaine plus étroit.

En régle générale, I'architecture d’essai et la méthode d’essai Sont choisies de maniére
spécififjue en fonction des exigences a soumettre a essai. Il ne doitjpas nécessairement s’agir
de celles utilisées pour les autres exigences. Elles peuvent méme étre considérées ¢omme
inacceptables pour les suites d’essais de conformité abstrajtes’ (normalisées) impliqualnt, par
exemple, des méthodes spécifiques a la mise en ceuvre gomme les fonctions de diagngstic et
de déverminage du systéme d’exploitation particulier.

Il est possible d'illustrer la distinction entre les essais de comportement et les esgais de
résolufion de conformité dans le cas d’'un événement comme la réinitialisation. Les essgais de
comportement peuvent inclure uniqguement une sélection représentative de condition$ dans
lesquelles une réinitialisation peut se produire, et peuvent ne pas détecter un comporfement
incorrgct dans d’autres circonstances. Leg,essais de résolution de conformité seraient|limités
aux conditions dans lesquelles un cemportement incorrect était déja susceptible |[de se
produite et permettraient de justifierdes doutes.

Les espais de résolution de conformité permettent:

a) d’apporter une réponse. positive ou négative dans une situation strictement limjtée et
préalablement identifiee (lors du développement de la mise en ceuvre, par exemplg, pour
veérffier si une fonction particuliere a été correctement mise en place ou dans lel cadre
d’uhe utilisation opérationnelle pour définir la cause du probléme);

b) d’identifier des. déficiences d’une suite d’essais de conformité en cours et d’apporfer des
solfitions.

Les espdis de résolution de conformité ne permettent pas:

c) de déterminer si ’ensemble de la mise en ceuvre est conforme.

Les essais de résolution de conformité ne sont pas normalisés. Dans le cadre d’un essai de
conformité, il est possible d’identifier les erreurs et déficiences des parties du protocole.

4.2.6 Interprétation des articles/paragraphes et des déclarations

Le TCN décrit dans la CEl 61375-3-1 fait I'objet d’'une sorte d’interprétation permettant de
traduire certains articles/paragraphes et exigences en suites d’essais réalisables. La
complexité de la plupart des protocoles TCN ne permet pas de procéder a des essais
exhaustifs du point de vue technique et économique. Tous les essais appropriés et certains
criteres ont été utilisés pour répondre a une mise en ceuvre et a un extrait réels de la
CEIl 61375-3-1. Les criteres ont été regroupés en fonction de leurs caractéristiques:

a) impératifs;
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illustratifs;

directifs;

facultatifs:

phrases faibles.

Les paragraphes ci-dessous décrivent ces critéres.

4.2.6.1 Impératifs

Les impératifs sont des mots et des phrases demandant que des éléments doivent étre
fournis et de les classer comme étant obligatoires. |l s’agit des termes ci-aprés:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

Continuation

Phrasgs qui suivent une forme impérative et introduisent la spécification d’exigence
niveau|inférieur, pourune exigence supplémentaire:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

doit — impose la disposition d’'une capacité fonctionnelle;

il faut ou il ne faut pas — permet d’établir les exigences ou contraintes de performarn
il est nécessaire de — spécification d’une déclaration rédigée a la voix passive;

so

ar
le
mi
su

serfa (marque du futur) — généralement utitisé’ pour citer les éléments
rlvironnement opérationnel ou de développement doit apporter a la capacité spgcifiée.

I'e

Pan exemple: « S’il s’agit d’'un maitre fort, dljinformera tous les autres nceuds
déglassement et continuera a commander lechus en tant que maitre faible jusqu'a cq
nceud fort soit promu »;

]
co
en

infé@rieure a 256. »

comme suit,

ci{dessous,

s:[vant(e),

e

a }z responsabilité de/est responsable de —est une exigence écrite desting
c

itectures déja définies. Par exemple: "Dans des applications Extended_Reply |
aitre a la responsabilité d’espacer les trames-maitre «dé-maniére a ce que le
nimum nécessaire pour transmettre une trame-esclavetet la trame-maitre suivar
Qérieur a T_safe..";

¢onvient de - lorsque cette formevest utilisée, la déclaration de spécificati
risidérée comme étant trés faible.\Par exemple: « Il convient que les dispositifs p
charge les capacités de données de messagerie regoivent une adresse de di

ce;

t applicables/s’appliquent — intégre, par référence, des normes, 00 autres dociiments
en compléments des exigences spécifiées;

e aux
Delay,
temps
te soit

que

de ce
qu'un

pn est
renant
spositif

5 a un

particulier
Lo 7

répertorié,

p

rise en charge.

Phrases qui introduisent une indication temporelle et qui peut amener a définir ou ne pas
définir les actions, ou éléments d’énumération pouvant donner lieu a des cas d’essai infinis.
Voir le Tableau 2.
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Tableau 2 - Indication de continuation

Déclaration Exemple

1 pour chaque Un PV_Set identifie un jeu de variables appartenant au méme dataset, comprenant pour

et comprenant par ailleurs le Freshness_Time valable pour le dataset tout entier.

chaque variable la Memory_Address sur laquelle (ou de laquelle) il convient de le copier,

2 | pendant Pendant la transmission des paquets BD, le producteur filtre les paquets BR entrants et

commence la retransmission aprés avoir introduit une pause de transmission
(PAUSE_TMO en plus du SEND_TMO normal)

L’exigence contenant les éléments temporels ou d’énumération est soumise a essai av

ec une

durée finte ou un echantillon fini.

4.2.6.2 Illustratifs

Il s’agit d’informations a I'intérieur du document des exigences. Les données’ et informations

identifites comme illustratives appuient les déclarations de spécification”du docum
dans |a mesure du possible, font office d’entrée de catégorie d’échantillons pour I'e
s’agit:

V)

deg figures;

c
d

des exemples;

)

b) des tableaux;
)
) des$ notes.

4.2.6. Facultatifs (options)

Une option est une catégorie de mots donnant au développeur toute la latitude néc

ent et
ssai. |l

ssaire

pour sptisfaire aux déclarations de spécification qu’elle contient. Cette catégorie constitue
véritablement la base des déclarations d'eptions intégrées a la PICS. Toutefois, les exigences

contenant ce type de catégorie de mots assouplissent la spécification, augmentent le
de non-interopérabilité et élargissentfes cas d’essai.

a) pouvoir (exemple: Les passerelles comportant une capacité Bus_Administrator p
syrichroniser les bus);

risque

euvent

b) pouvoirlrisquer de/(exemple: Les dispositifs de classe 5 peuvent disposer de la capacité

Bug$_Administrator?);

c) événtuellementl/en option (exemple: La capacité User_Programmable est en option);

d) exglusion (éxemple: pendant que I'lUT nomme les nceuds, un nceud répond a la trgme de

norinationsmais pas a la demande d’état ou envoie une trame de réponse de nom
errpnge).

ination

Les optlions dolvent orienter la production des FILS.

4.2.6.4 Phrases faibles

Les phrases faibles sont susceptibles d’engendrer une incertitude propice aux interpré
multiples, ce type de formulation impliquant le développement d’'une exigence ou
d’exigences. Dans le cadre des essais, cette catégorie génére des cas d’essai choisi

tations
I"ajout
s dans

un ensemble d’échantillons représentatif. Toutefois, en aucun cas ces ensembles ne

représentent complétement tous les cas significatifs prévus par 'article en essai. Il s’'a
termes indiqués dans le Tableau 3.

git des
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Tableau 3 — Phrases faibles

Phrases comportant les
termes suivants

Exemple

approprié Le connecteur de I'émetteur et celui du récepteur doivent étre identifiés de maniere
appropriée, de préférence comme suit:
. gris clair pour I'émetteur;
. gris foncé pour le récepteur.

pouvoir, étre capable de Tant la couche de liaison que I'application doivent pouvoir accéder a un port de

maniere cohérente, c'est-a-dire écrire ou lire toutes ses données en une seule

opération indivisible.

étre en

nesure de, pouvoir

Un dispositif comportant un raccordement sur ligne double doit pouvoir étre
raccordé aussi bien a un segment EMD a ligne simple qu'a un segment"EMI
ligne double, comme le montre la Figure 56

de mani

bre effective,

L’entité qui accéde effectivement aux objets dans chaque couchélest appel

e

effectivgment Entité de Gestion de Couche, ou LME.

normal Pendant la transmission des paquets BD, le producteur filtré Jes paquets BH
entrants et commence la retransmission aprés avoir intreduit une pause de
transmission (PAUSE_TMO en plus du SEND_TMO nbrmal).

prévoir La Couche Application pour les Variables (AVI) doit prévoir I'accés par Grappe par
les primitives suivantes, illustrées a la Figure ¥4‘et' spécifiées dans les
paragraphes suivants

4.2.7 Relation a I’'interopérabilité

Cet esjsai de conformité a pour principal objectif de.faciliter la comparaison et I'acceptation

des répultats générés par les différents appareils:d’essai, et donc d’éviter de soumeftre un

méme |systeme a des essais de conformité répétés. L’'interopérabilité joue un rdle essentiel.

L’essal| de conformité ayant pour but de faciliter I'interopérabilité, elle a été prise en ¢ompte

dans Igs domaines suivants indiqués dans:le*Tableau 4.
Tableau 4.5)Relation a I’'interopérabilité

Interopéfrabilité de capaciténxda TCN a fournir une mise en ceuvre cohérente de la syntaxe et dg la

I’'application sémantique des données échangées

Interopéfrabilité du protocole | capacité du TCN a échanger des unités de données de protocole par I'interfédiaire
de la plate-forme de communication

Interopéfrabilité du service capacité du TCN a prendre en charge un sous-ensemble de ses services prgvus

Interopéfrabilité percuespar capacité de l'utilisateur du service (une personne, une application, une madhine) a

I'utilisatgur échanger des informations par I'intermédiaire du TCN

La prdsente’ norme n’a prévu aucune disposition en matiére de mise en ceuvre [ou de

recominandation d’'un essai d’'interopérabilité.

4.2.8

Relation a I’essai de performances

Les attributs de performances reposent étroitement sur les services proposés par le TCN,
méme si cet essai de conformité n’a pas pour objet de mettre en ceuvre un essai de
performances. Toutefois, ces attributs ont été pris en compte de la maniére indiquée dans le

Tablea

u 5.
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Tableau 5 — Relation a I’essai de performances

Vitesse Cet attribut de performances décrit I'intervalle de temps utilisé pour réaliser la fonction ou
la vitesse d’exécution de la fonction (la fonction peut ou peut ne pas étre réalisée selon la
précision souhaitée). Exemple d’évaluation de I'attribut de vitesse: essai de supervision de
la durée de rafraichissement

Précision Cet attribut de performances décrit le degré d’exactitude qui caractérise I'’exécution de la
fonction, qu’elle soit réalisée a la vitesse souhaitée ou non. Exemple d’évaluation de la
précision: essai d’hystérésis du récepteur

Fiabilité Cet attribut de performances décrit le degré de certitude (ou de sareté) selon lequel la
fonction est réalisée, quelle que soit la vitesse ou la précision, mais dans un intervalle
d’observation donné. Exemple d’évaluation de I'attribut de sGreté de fonctionnement:
stahilité de la connexion Ihnndanf toute la durée d’innllgnrnfinn

La prdsente norme ne prévoit aucune disposition en matiére de mise en cguvre [ou de

recomimandation d’'un essai de performances tel que défini dans la CEI 60571

4.3 Schéma du processus d’évaluation de la conformité

4.3.1 Généralités

La principale caractéristique du processus d’évaluation de la conformité est une configlration

des équipements assurant I’échange des informations entre I\UF et un appareil d’essai réel.

Ces él

Dans U
étapes|

Ements sont contrdlés et observés par I'appareil d’essai.réel.

, en intégrant les examens de conformité statique’ et les phases d’essai réel, d

lieu a Un rapport d’essai aussi précis que possible.

Ces ét

e cor
e cor
o sél
e eSS
e esS
e esS
o exa

e syn

4.3.2

hpes sont les suivantes:

hpilation des PICS;

hpilation des PIXIT;

bction et paramétrage de I'essar;

ais d'interconnexion de_base (facultatif);
ais de capacité;

ais de comportement;

men et analyse.des résultats d’essai;

thése, conglusions et génération d’un rapport d’essai de conformité.

Analyse des résultats, conclusions et verdicts

Le rés

|tat observé (Qllifp a |’pQQQi) est une série d’événements qui se sont déroulés p

n schéma conceptuel, il convient de caractériser lés essais de conformité par pllisieurs

pnnant

endant

I’exécution d’un cas d’essai. Il comprend toutes les entrées et sorties de I'lUT aux différents

points

de controle et d’observation.

Les résultats prévus sont identifiés et définis par la spécification du cas d’essai abstrait
associé a la partie du protocole. Chaque cas d’essai peut faire I'objet d’'un ou de plusieurs

résulta

ts prévus. Les résultats prévus sont définis en premier lieu en termes abstraits.

Un verdict est une déclaration de réussite, d’échec ou d’incertitude a associer a tous les

résulta

ts prévus de la spécification de suite d’essais abstraites.

Les résultats sont analysés par comparaison des résultats observés avec les résultats

prévus
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Le verdict lié a un résultat observé est celui du résultat prévu correspondant. Si le résultat
observé est imprévu, la spécification de la suite d’essais abstraite établit le verdict par défaut
qui doit étre attribué.

Les moyens de comparaison des résultats observés et des résultats prévus n’entrent pas
dans le domaine d’application de la présente norme.

NOTE Les possibilités sont les suivantes:

a) comparaison manuelle ou automatique (ou une combinaison des deux);

b) comparaison au pendant ou aprés I’exécution;

c) trady
prév

Le verdi

d) réus
perti

e) échsg
parti

f) inceftitude signifie que le résultat observé est valide par rapport aux parti€s’ pertinentes du TCN, mais {

d’att

Le ver
compo

Les ve
dans |4

5 Egsai de conformité d’un dispositif MVB

5.1

Le pro
répond
les rép

Il contient deux types de questions:

e les
arti

a éfté misyen ceuvre ou non. Les réponses admises, conformes a la spécification dd

Son

ction des résultats observés en termes abstraits pour permettre une comparaison avec le$
s, ou traduction des résultats prévus en termes utilisés pour consigner les résultats observés!

Ct indique la réussite, I’échec ou I'incertitude:

bite signifie que le résultat observé répond a I'objectif de I’essai et qu’il est valide parn rapport au
hentes du TCN et aux PICS;

c signifie que le résultat observé est invalide ou inopportun du point de vue syntaxique par rap
s pertinentes du TCN ou aux PICS;

eindre |'objectif de I'essai.

Hict attribué a un résultat particulier dépend de I’objectif de I'essai et de la vali
rtement protocolaire observé.

rdicts prononcés en fonction des cas d’essai particuliers font I'objet d’'une sy
cadre d’un récapitulatif global pour I'lUTZen fonction des cas d’essai réalisés.

PICS
-format PICS est un ensemble de tableaux contenant des questions auxquell

re la personne chargée de la mise en ceuvre, ainsi que les limitations dont font
onses possibles.

questionstimpliquant une réponse par OUl ou par NON, consistant a savoif
cle (d:un€ unité fonctionnelle macroscopique a une unité fonctionnelle microscg

t\documentées dans les PICS sous forme d’exigences. Elles représentent la p

ésultats

parties

port aux

mpéche

dité du

nthése

bs doit
I'objet

si un
pique)
base,
fise en

ché

TgE,

e les questions portant sur les valeurs numériques utilisées (pour les temporisateurs, les
tailles de messages, les fréquences, etc.). La plage valable de ces valeurs, conforme a la
spécification de base, est donnée dans la CEl 61375-3-1. Les réponses représentent les
valeurs prises en charge.

5.1.1

Instructions pour le remplissage du pro-format PICS

Les PICS sont organisées en tableaux. Les colonnes sont les suivantes:

o REéf.

e Paragraphe pris en charge

e Capacité prise en charge

e Exi

gence
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e Mise en ceocsuvre

e Val

5.1.11

Les ab

eurs de paramétre

Abréviations

réviations suivantes sont utilisées dans ce pro-format PICS:

o: obligatoire

n/a: non applicable

f: facultatif

c: donditionnel

d: par défaut

O: qui

N: non

5.1.1.2 Colonne Réf.

Cette golonne est utilisée pour référence a l'intérieur des PICS.

5.1.1.3 Colonne Paragraphe pris en charge

Cette golonne donne la correspondance entre la CEI/6J375-3-1 et I'entrée correspo
dans I3 PICS.

5.1.1.4 Colonne Capacité prise en charge

La cappcité est prise en charge si la mise en ceuvre en essai (IUT) est en mesure:

e de

ndante

générer les parameétres de service correspondants (automatiquement ou suife a la

demande explicite de I'utilisateur final);

o d’interpréter, de traiter et, le £as échéant, de mettre a la disposition de I'utilisatelr final
le/lps paramétre(s) de service correspondant(s).

5.1.1.5 Colonne Exigence

Cette ¢olonne indique-e niveau de prise en charge requis pour assurer la conformifé a la

CEIl 61[375-3-1.

Les valeurs sont les suivantes:

o] grise’en charge obligatoire demandée;

f prise en charge facultative admise pour assurer la conformité a la CEl 61375-3-1. En

cas de mise en ceuvre, elle doit étre conforme aux spécifications et restrictions
énoncées dans l'article correspondant. Ces restrictions peuvent affecter le caractére
facultatif des autres éléments;

c I’élément est conditionnel, sa prise en charge fait 'objet d’'un prédicat référencé dans la
colonne de note;

nfa I

élément n’est pas applicable.

Si les options ne sont pas prises en charge, les éléments correspondants doivent étre
considérés comme étant non applicables.
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5.1.1.6 Colonne Mise en ceuvre

Cette colonne doit étre renseignée par le fournisseur ou la personne chargée de la mise en
ceuvre de I'lUT. Le pro-format a été concu de sorte que seules les entrées suivantes soient
demandées:

O: oui, I'élément a été mis en ceuvre;

N: non, I'élément n’a pas été mis en ceuvre;

- I’élément n’est pas applicable.

Dans les tableaux du pro-format PICS, il convient que I'lUT prenne en charge tous les

éléments principaux marqués d'un 'o'. Il convient de prendre en charge tous les sous-
éléments marqués d’'un 'o’' si la fonction principale est prise en charge par I'lUT.

5.1.1.7 Colonnes Valeurs de parameétre
5.1.1.7.1 Valeur minimale admise

Cette g¢olonne est déja renseignée et indique la valeur minimale d’'un paramétre.

5.1.1.7.2 Valeur par défaut
Cette ¢olonne indique la valeur par défaut d’'un parameétre. Lorsque la CEl 61375-3-1 d¢finit la

valeur|par défaut du parametre, cette valeur fait office,d'entrée dans cette colonneg|. Si la
norme |recommande une plage de valeurs, la valeur moyenne est utilisée.

5.1.1.7.3 Valeur maximale admise

Cette g¢olonne est déja renseignée et indique lavaleur maximale d’un paramétre.

5.1.1.7.4 Valeur mise en ceuvre
Cette ¢olonne doit étre renseignée \par le fournisseur ou la personne chargée de la njise en

ceuvre| Le pro-format a été congunde sorte que I'entrée requise soit la valeur mise en ¢euvre.
En prégence de plusieurs valeurs;-la valeur par défaut doit étre choisie.

5.1.2 Tableaux PICS
5.1.2.1 Identification des PICS

Le tableau ci-dessous doit étre renseigné afin d’identifier le pro-format.

N° de Réf. Question Réponse
1 Date de la déclaration
2 Numero de serie des PICS

5.1.2.2 Identification de I'lIUT

Le tableau ci-dessous doit étre renseigné afin d’identifier I'lUT.

N° de Réf. Question Exigence Réponse
1. Nom de la mise en ceuvre o
2 Numéro de version o
3 Configuration spéciale f
4. Tension d’alimentation o
5 Autres informations f

NOTE 1 Le nom de la mise en ceuvre fait référence a l'indicatif de I'lUT indiqué par le client. L’essai de
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conformité spécifique doit s’appliquer a I'entité identifiée par le nom de la mise en ceuvre.
NOTE 2 1l s’agit du numéro de version de I'lUT.
NOTE 3 Il convient d’indiquer la configuration spéciale si les PIXIT sont fournies pour cette IUT.

NOTE 4 Il convient de mentionner l'alimentation comme la tension d’alimentation applicable. La tension
d’alimentation est choisie parmi les valeurs indiquées dans la EN 50155.

NOTE 5 Autres informations que le client considére comme étant pertinentes pour I'identification de I'lUT.

5.1.2.3 Identification du fournisseur de I'lUT et/ou du client du laboratoire d’essai

Le tableau ci-dessous doit étre renseigné afin d’identifier le fournisseur de I'lUT et le client du
laboratoire d’essai.

N° de Réf. Question Exigence Réponse
1. Nom de I'organisme o
2. Nom(s) du contact o
3. Adresse: o
4. Numéro de téléphone ® o
5. Numéro de télécopie ® o
6. Adresse électronique *® 0
7. Autres informations @ o
°A compléter si les informations sont disponibles.

5.1.2.4 Identification de la norme

Le tabjeau ci-dessous doit étre renseigné afinZd’identifier la norme appliquée a I'lU[l pour
I’essailde conformité.

N° de [Réf. Question Exigence Réponse
1 Titre o)
2 Numéro de référence o
3 Date de publication o)
4 Numéro de version o

5.1.2.5 Déclaration‘de conformité globale

Ce tabjeau doit éife-renseigné par le fournisseur de I'lUT dans la colonne « Mise en ceyvre ».

N° de [Réf. Question Exigence Mise en ceuvie

1 Toutes les capacités obligatoires sont- o [ 1]
elles mises en ceuvre ?

NOTE Une réponse négative (Non) a ce paragraphe indique une non-conformité a la spécification du protocole.
Les capacités obligatoires non prises en charge doivent étre identifiées dans la PICS, accompagnées d’une
explication de cette non-conformité de la mise en ceuvre.

5.1.2.6 Classes de dispositifs

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT de maniére a identifier la classe de
dispositif de cette derniére. Une IUT qui met en ceuvre aux moins deux classes doit soumettre
a I’essai chaque interface afin de déterminer a quelle classe elle appartient.

N° de Réf. Paragraphe Capacité Mise en ceuvre
1 4.2.2 Classe 0 [ 1]
2 4.2.3 Classe 1 [ 1]
3 424 Classe 2 [ 1]
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N° de Réf. Paragraphe Capaciteé Mise en ceuvre
4 4.2.5 Classe 3 [ 1]
5 4.2.6 Classe 4 [ 1]
6 4.2.7 Classe 5 [ 1]
5.1.2.7 Classe 0

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT si la classe de dispositif déclarée
dans le tableau « Classes de dispositif » est la Classe 0.

N° de [Réf- Paragraphe Capacité Miseemroeuvre
1 4.6.7 Active_Star_Coupler [N
2 4.6.7 (se reporter a la NOTE) Star_coupler [ 1]
3 4.3 Répéteur [ 1]
4 4431 ESD - section de fond de panier [ 1]
5 4421 ESD - cable [ 1]
6 4521 EMD - cable [ 1]
5.1.2.8 Classe 1

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'MJT si la classe de dispositif declarée

dans lg tableau « Classes de dispositif » est la Classe' 1
N° de [Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceyvre
1 4.2.3 Etat du Dispositif o] [ 1]
2 4.2.3 Données de Processus o [ 1]
5.1.2.9 Classe 2

Ce tableau doit étre renseigné.par le fournisseur de I'lUT si la classe de dispositif declarée

dans lg tableau « Classes de dispositif » est la Classe 2.
N° de [Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceyvre
1 4.2.4 Etat du Dispositif o] [ 1]
2 4.2.4 Données de Processus o] [ 1]
3 4.2.4 Données de Messagerie o] [ 1]
4 4.2.1 Gestion de Réseau (TNM) o] [ 1]
5.1.2.10 Classe 3

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT si la classe de dispositif déclarée
dans le tableau « Classes de dispositif » est la Classe 3.

N° de Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre
1 4.2.5 Etat du Dispositif o] [ 1]
2 4.2.5 Données de Processus o] [ 1]
3 4.2.5 Données de Messagerie o] [ 1]
4 4.2.5 Programmable par I'utilisateur o] [ 1]
5 4.21 Gestion de réseau (TNM) o [ ]
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5.1.2.11 Classe 4

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT si la classe de dispositif déclarée
dans le tableau « Classes de dispositif » est la Classe 4.

N° de Réf. Paragraphe Capaciteé Exigence Mise en ceuvre
1 4.2.6 Etat du Dispositif o) [ 1]
2 4.2.6 Données de Processus o] [ 1]
3 4.2.6 Données de Messagerie o) [ 1]
4 4.2.6 Programmable par I'utilisateur (TNM) f [ ]
5 4286 Administrateur de bus o 3
6 4.2.1 Gestion de réseau (TNM) o ]

5.1.2.12 Classe 5

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT si la classe dé)dispositif declarée
dans lg tableau « Classes de dispositif » est la Classe 5.

Noter que I'essai de la passerelle TCN n’est pas traité par la présente norme en raisor) d’'une
spécification incompléte dans la CEl 61375-1.

N° de Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en cepivre
1 4.2.7 Etat du Dispositif o] [ 1]
2 4.2.7 Données de Processus o] [ 1]
3 4.2.7 Données de Messagerie o] [ 1]
4 4.2.7 Programmable pand’utilisateur f [ 1]
5 4.2.7 Administrateur.de'bus f [ 1]
6 427 Passerelle<TCN?® o =1

té.

Cet ¢ssai est volontairement barré afin d’indiquer clairement que I'essai de passerelle TCN n’est pas trg

5.1.2.13 Segment

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT afin de déclarer a quel type de
segment de bus le dispositif doit étre raccordé.

N° de [Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceyvre
1 4.1.1 ESD f [ ]
2 441 OGF* f =1
4.1.1 EMD f [ 1

NOTE Il convient de choisir une des capacités indiquées, la capacité choisie étant considérée obligatoire (o) pour
I’objet de I’'essai de conformité.

@  Cet essai est volontairement barré afin d’indiquer clairement que les OGF ne sont pas traités.

5.1.2.14 Redondance

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT afin de déclarer si cette derniére
met en ceuvre le raccordement a segment double et la redondance de ligne.

N° de Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre

1 4.1.3 Support de redondance physique f [ 1]
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5.1.2.15 Configuration de la redondance

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT si la mise en ceuvre est O dans le
tableau précédent, colonne « Mise en ceuvre ».

N° de Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre
1 4.5.4.2 Marquage de la ligne A ? o] [ 1]
2 4.5.4.2 Marquage de la ligne B ? o] [ 1]

5.1.2.16 Adresse de dispositif

Ce tabhleau doit étre renseigne par le fournisseur de I'lUT qui declare que l'adresse de
disposltif de I'lUT a été fournie pour cet essai.

N° de [Réf. Paragraphe Capacité Exigence Valeur de mise eh ceuvfe

1 7.1.1 Device_Address o)

5.1.2.17 Valeurs générales de synchronisation

Ce tabJeau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT qui doit-déclarer les valeurs de mise
en ceuyre des Valeurs Générales de Synchronisation.

Touted les limites sont issues de la CEl 61375-3-1 et font/référence a la plage ADMISE

N° de Paragraphe Capacité Exigence Valeur Valeur par Valeur Miise en
Réf. minimale défaut maximale cuvre
admise admise
1 4.3.2 T_reply_max |o T_reply_def = |T_reply_def= | T_reply_def =
6.2.2 42,7 ps. 42,7 ps. 66,6 us.
2 6.2.4.1 T_ignore o T_ignore = T_ignore = T_ignore =
1us. T_reply_def 255 ps.
3 6.2.5 T_alive 0 T _alive = T_alive = -
1,3 ms 1,3 ms
4 6.2.4.1 T_safe o T_safe = T_safe = -
T_reply_def T_reply_def

5.1.2.18 Synchronisation supplémentaire pour les classes 4 et 5 uniquement

Ce tabJeau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT qui doit déclarer les valeurs de mise
en ceyvre dexla valeur de fréquence de scrutin. Le fournisseur de I'lUT doit déclarer la
tolérance; 'exXprimée en pourcentage de la valeur déclarée. Ce tableau s’applique uniguement
aux digpositifs des classes 4 et 5.

N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Valeur par défaut Mise en ceuvre
Réf.
1 8.4.3 Fréquence de o] Fréquence de Scrutin = 64
Scrutin dispositifs toutes les 512,0 ms.

5.1.2.19 Services de I’agent gestionnaire de réseau

Ce tableau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT qui doit déclarer les services de
I’agent gestionnaire de réseau mis en ceuvre.

N° de Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre
Réf.

1 8.4.2.4.2 de la CEI 61375-2-1 | WRITE_RESERVATION (03) o [ 1]
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N° de Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre
Réf.
2 8.4.3.1 de la CEI 61375-2-1 READ_MVB_STATUS (10) o [ 1]
3 8.4.3.3 de la CEI 61375-2-1 READ_MVB_DEVICES (12) o} [ 1]
5.1.2.20 ESD - section en option

Ce paragraphe s’applique uniquement si la réponse O est fournie a la ligne référencée
comme la ligne 1 en 5.1.2.13. Il convient de choisir une des capacités indiquées, la capacité
choisie étant considérée obligatoire (0) pour I'objet de I'’essai de conformité.

N° de Paragraphe Capacité Exigence Mise@n|ceuvre
Réf.
1 Bus de fond de panier utilisé f [N
2 Cable utilisé f [
5.1.2.20.1 ESD - fond de panier

Ce paragraphe s’applique uniquement si la réponse O est fournie a la ligne référencée

la ligne 1 dans les tableaux de 5.1.2.20 et 5.1.2.7, référence 0.

comme
N° de Paragraphe Capacité Exigence Valeur Valeur Mise en peuvre
Réf. minimale maximale
admise admise
1 4.4.31 Extension d’une c—5.1.2.20,réf™M | - 10 cm. [
branche
2 4.4.31 Ecartement entre des | ¢c — 5.1:2.20 réf. 1 | 2,0 cm. 20 m. [
embranchements
adjacents
5.1.2.20.2 ESD - céable
Ce paragraphe s’applique uniguement si la réponse O est fournie a la ligne référencée
commae la ligne 2 dans le tableau de 5.1.2.20.
N° de Paragraphe Capacité Exigence Valeur Valeur Mise en ccuvre
Réf. minimale maximale
admise admise
1 4.4.3.2 Fil équipotentiel |c —5.1.2.20 réf. 2 0, 34 mm?2 0,56 mm?2 [|]
(AWG 22) (AWG 20)
N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Mise en|ceceuvre
Réf.
1 4.4.3.1 Identification du fil équipotentiel pour LINE_A |c —5.1.2.20 réf. 2 [ 1]
2 4.4.31 Identification du fil équipotentiel pour LINE_B |c —5.1.2.20 réf. 2 [ 1]

5.1.2.20.2.1 ESD - cable confectionné

N° de Article Capacité Exigence Mise en ceceuvre
Réf.
1 4.4.4 Blindage connecté au capot de chaque c—5.1.2.20 réf. 2 [ 1]
connecteur
2 4.4.4 Blindage connecté au capot de chaque c—5.1.2.20 réf. 2 [ 1]
connecteur conducteur
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Ce paragraphe s’applique dans tous les cas si la réponse O est fournie a la ligne référencée
comme la ligne 1 ou 2 dans le tableau de 5.1.2.20. Cette partie est une déclaration du client,
non soumise a des essais.

N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Mise en ceuvre
Réf.
1 4.46.2 Conforme a I'lSO/CEI 8482 (RS-485). o [ 1]
5.1.2.21 ESD - connecteur

Ce tabjeau doit étre renseigné par le fournisseur de I'lUT qui doit déclarer de quelle ]
la connpexion avec le segment ESD est mise en ceuvre.

aniére

5.1.2.211 Coté du cable
N° de Réf. Paragraphe Capacité Exigence Mise en ¢euvre
1 4.45.2 connecteurs Sub-D 9 de Line_A a9 o] [ ]
broches et LINE_B utilisant des vis
métriques (CEI 60807)
2 4452 Cable femelle Connector_1 o] [ ]
3 4.45.2 Cable male Connector_2 o] [ 1]
4 4452 Blindage o] [ ]
5 4.45.2 Capot conducteur connecté au o [ ]
blindage du cable
6 4452 Etablit un contact électrique avec le o] [ ]
réceptacle une fois fixé
5.1.2.22 Coté réceptacle
N° de Réf. Paragraphe Capaciteé Exigence Mise en ¢euvre
1 4.452 Line2A-et Line_B utilisent un o [ 1]
réceptacle Sub-D9 a 9 broches
appelé mVB-S1
2 4.45.2 Le réceptacle MVB-S1 comporte des o] [ 1]
vis métriques (CEI 60807)
3 4.4.52 Réceptacle MVB-S1 male o] [ 1]
4 4.4.52 Line_A et Line_B utilisent un o [ 1]
réceptacle Sub-D9 a 9 broches
appelé mVB-S2
5 4.45.2 Le réceptacle MVB-S2 comporte des o [ 1]
vis métriques (CEI 60807)
6 4.4.5.2 Réceptacle MVB-S2 femelle o] [ 1]
7 4452 Blindage o] [ 1]
8 4452 Capot conducteur connecté au o [ 1]
blindage du cable
9 4452 Etablit un contact électrique avec le o] [ 1]
réceptacle une fois fixé
5.1.2.23 EMD - section

Ce paragraphe s’applique uniquement si la réponse O est fournie a la

comme élément 3) en 5.1.2.13.

ligne référencée
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5.1.2.23.1 EMD - cable
N° de Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre
Réf.
1 4.5.4.1 Cable blindé o [ 1]
2 4.5.4.1 Cable gainé o] [ 1]
3 4.5.41 Paire torsadée o] [ 1]
4 4.5.4.2 Fils individuels @ marquage distinct® o] [ 1]
5 4.5.4.2 Ligne A identifiée comme: [o) [ 1]
A.Data_P A.Data_N
6 4.5.4.2 Ligne B identifiee comme: [§) [ A
B.Data_P B.Data_N
@ Les deux paires de fils peuvent étre disposées géométriquement comme une quarte. Dans ce casil convient que les
fils ep diagonale forment une paire.
N° de Paragraphe Capacité Exigence Valeur minimale | Valeutymaximale | Mise en ceuvre
Réf. admise admise
1 4.5.4.1 Section du fil o 0,34 mm? 0,56 mm?2 [ 1]
(AWG 22) (AWG 20)
2 4541 Torsade par métre 12 - [ 1]
N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Valeur Mige en ceuvre
Réf.
1 4543 Impédance o ZwW.= 120,0 Q (+10 %) entre 0,5 BR [ 1]
et 2,0 BR
2 4544 Atténuation o) Inférieure a 15,0 dB/km a 1,0 BR [ 1]
3 4.5.4.4 Atténuation 0 Inférieure a 20,0 dB/km a 2,0 BR [ 1]
4 4545 Capacité répartie 0 Inférieure a 46 pF/m a 1,0 BR [ 1]
5 4.54.6 Différence de o) Inférieure a 1,5 pF/m a 1,0 BR [ ]
capacité par
rapport au blindage
6 4.5.4.7 Diaphonie o) Supérieure a 45,0 dB entre 0,5 et [ 1]
2,0 MHz
7 4.5.4.8 Impédance de o Inférieure @ 20,0 mQ/m a 20,0 MHz [ 1]
trapsfert
8 4548 Impédance de o Inférieure @ 20,0 mQ/m a 20,0 MHz [ 1]
transfert
différentielle
9 4.549 Continuité des fils o Inférieure & 10,0 mQ/m [ 1]
5.1.2.23:2°, EMD - raccordement a ligne simple
N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Mise en ceuvre
Réf.
1 4.5.6.1 Raccordement a embranchement passif o] [ 1]
2 4.5.51 Continuité du blindage o] [ 1]
3 4.5.51 Boitier du dispositif connecté au réceptacle o] [ 1]
4 4.5.5.1 Moyen de connecter le blindage a la masse de son o [ 1]
dispositif
5 4.5.6.2 Raccordement a ligne double f [ 1]
N° de Paragraphe Capacité Exigence Valeur Valeur maximale | Mise en ccuvre
Réf. minimale admise
admise
1 4.5.6.1 Longueur de branche |o - 10,0 cm [ 1]
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Les tableaux suivants relatifs aux cotés cable et réceptacle doivent étre renseignés par le
fournisseur de I'lUT qui doit déclarer de quelle maniere la connexion avec le segment ESD

est mise en ocsuvre.

5.1.2.23.3.1 Coté cable
N° de Paragraphe Capacité Exigence Mise en ceuvre
Réf.
1 4.5.6.3 Line_A et Line_B reliées aux connecteurs Sub-D9 o [ 1]
a 9 broches, appelés Connector_1
2 456 3 UUIIIIE\;:.UI_‘I L:UIII}JUI‘[U db‘b Vib |||éi.|iu|uca U [ ]
(CEI 60807)
3 4.5.6.3 Connector_1 male o] [ 1]
4 4.5.6.3 Line_A et Line_B reliées aux connecteurs Sub-D9 o [ 1]
a 9 broches, appelés Connector_2
5 4.5.6.3 Connector_2 comporte des vis métriques o [ 1]
(CEI 60807)
6 4.5.6.3 Connector_2 femelle o] [ 1]
6a 4.5.6.3.1 Connector_2 male f [ 1]
7 4.5.6.3 Blindage o] [ 1]
8 4.5.6.3 Capot conducteur connecté au blindage du cable o] [ 1]
9 4.5.6.3 Etablit un contact électrique avec le réceptacle o [ 1]
une fois fixé
N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Valeur Mis¢ en ceuvre
Réf.
1 4549 Impédance de transfert |o Inférieure & 20,0 mQ/m |[ 1
a 20,0 MHz
5.1.2.23.3.2 Coté réceptacle
N° de Paragraphe Capaciteé Exigence Mise|en ceuvre
Réf.
1 4.5.6.3 Réceptacle Sub-D9 a 9 broches pour Line_A et o [ 1]
Line™\B, appelé mVB-M1
2 4.5.6.3 MVB-M1 comporte des vis métriques o [ 1]
(CEI 60807)
3 4.5.653 MVB-M1 est femelle o) [ 1]
4 4.5.673 Réceptacle Sub-D9 a 9 broches pour Line_A et o [ 1]
Line_B, appelé mVB-2
5 4.5.6.3 MVB-M2 comporte des vis métriques o [ 1]
(f‘E! R{\Qr\7>
6 4.5.6.3 MVB-M2 est male 0 [ 1]
7 4.5.6.3 Blindage o] [ 1]
8 4.5.6.3 Capot conducteur connecté au blindage du cable 0 [ 1]
9 4.5.6.3 Etablit un contact électrique avec le réceptacle o] [ 1]
une fois fixé
N° de Paragraphe Capacité Exigence Valeur Mise en ceuvre
Réf.
1 4549 Impédance de transfert | o Inférieure a 20,0 mQ/m [ ]
a 20,0 MHz
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5.2 Suites d’essais

Ce paragraphe spécifie les suites d’essais devant étre appliquées a un dispositif MVB afin
d’évaluer sa conformité. Il existe trois groupes principaux de suites d’essais:

e essais d’'interconnexion de base;
e essais de capacité;

e essais de comportement.

Les essais relatifs a la couche physique nécessitent de tenir compte de I'amplitude et de la
synchronlsatlon des S|gnaux Af|n de reduwe Ies efforts d adaptatlon des generateurs

exista on de
geénér touche
physique consiste a utiliser un équipement d’essai issu d’'un dispositif de cennexjon au
suppo ivi ‘ondes

échantjllonne le signal emls par I'équipement d’essai et prodwt les conditions|de stimjulation
requisg¢s de I'lUT. Voir Figure 1.

Le conformateur d’ondes doit échantillonner le bit entrant et envoyer un-bit sortant:

a) avegc I'amplitude modifiée comme exigé par I’essai;

b) avdgc le temps de montée modifié comme exigé par I'essai;
c) avdc le temps de descente modifié comme exigé par lessai;
d) avgc la gigue exigée par I'essai.

control path

Test Equipment
Medium Attachment-|— A Waveshaper |— A
Unit
B
— B L —
Cable
IuT | ]
B
Légende
Anglais Francgais
Test Equipment Equipement d’essai
Medium Attachment Unit Dispositif de Connexion au Support
Waveshaper Conformateur d’ondes
IuT IuT
Cable Cable
Control path Chemin de contrble

Figure 1 — Application du conformateur d’ondes
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5.21 Essais d’interconnexion de base

Les essais d’interconnexion de base constituent un sous-ensemble des essais de
comportement. Les deux paragraphes suivants énumeérent les articles appropriés de I'essai
de comportement qui constituent les essais d’interconnexion de base dans le cas d’'un
dispositif MVB utilisant un raccordement ESD et EMD respectivement.

5211 Essais d’interconnexion de base ESD

Le tableau suivant énumeére les articles appropriés a appliquer aux essais d’interconnexion de
base ESD.

Tableau 6 — Essais d’interconnexion de base ESD

Paragraphe a appliquer
5.2.41 Dispositif d’essai ESD
5.2.4.2 ESD - Identification
5.2.4.3.2 Connecteur ESD

5.2.6.1.1 Exigences
5.2.6.1.2.1 Protocole d’état de dispositif

5.2.6.1.2.8 Champ des capacités

5.2.7.1 Essai simple

5.2.1.2 Essais d’interconnexion de base EMD

Le tableau suivant énumeére les articles appropriés a appliquer aux essais d’interconnexion de
base HMD.

Tableau 7 — Essais d’interconnexion de base EMD

Paragraphe a appliquer

5.2.5.1.1 Essai de résistance
5.2.5.1.4 Mesure de.la*forme d’onde du signal pendant la transmission
5.2.5.1.5 Seuil del'essai de comportement du récepteur fixé a 200 mV

5.2.6.1.1 Exigences
5.2.6.1.2.1 Protocole d’état de dispositif
5.2.6.1.2°8 Champ des capacités

5.2,71 Essai simple

5.2.2 Essais de capacité
Les essais de capacité consistent a:

e vérifier la cohérence des PICS en fonction des valeurs déclarées dans les PICS elles-
mémes, comme filtre préalable a des essais approfondis plus onéreux;

e vérifier que les capacités de I'lUT sont conformes aux exigences de conformité statique
spécifiées par la présente norme et la CElI 61375-3-1;

e permettre la sélection efficace des essais de comportement a réaliser pour une IUT
particuliére;

lorsqu’ils sont associés a des essais de comportement, font office de déclarations de
conformité.
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Voir Article A.3 pour connaitre le réle du fournisseur de I'lUT et I'essai de laboratoire a
réaliser pour ces activités.

5.2.3 Essais de comportement

Les suites d’essais de comportement sont sous-divisées en séquences d’essais décrites ci-
dessous.

5.24 Support électrique courte distance

5.2.4.1 Dispositif d’essai ESD

Comme illustré a la Figure 2, il se compose de

a) deux conducteurs acheminant les données en série;

b) un ftonducteur équipotentiel;

c) deux terminaisons polarisées a chaque extrémité;

d) les|branches de raccordement des dispositifs participant au réseau
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uT Test Equipment
TXETxS RxS TXETXS RxS

L |——— L l——

terminator/

biasing biasing
Supply  + Vpp A PP
Vi i Data_P
PP 5 Ru iMoo N D E Ru
Rm
; Rd
BUS_GND EquipotentialConductdr Bus C ND: I
GND : 1
GND i
1 [ T— segment 18 NG ....¢. i, SND
Hégende
Anglais Francgais
T IUT
Te¢st Equipment Eduipement d’essai
Power Supply Alimentation
T¢rminator/biasing Terminaison/polarisation
Equipotential Conductor Conducteur Equipotentiel
S¢gment length Longueur de segment
Vpp Vcec
GND masse
Conjposants Type Valeur Connexions Type Valeur
Ru Résistance 390Q1W Vce Tension d’alimentation 50V 30W
Rm Résistance 150 Q1 W GND (masse) | Tension de référence 0,0V
Rd Résistance 39001 W
Figure 2 — Dispositif d’essai ESD
5.2.4.2 ESD - Identification

L’identification ESD consiste a vérifier par essai la mise en ceuvre de I’exigence 4.4.2.1 de la
CEl 61375-3-1:

vérifier que les deux conducteurs d’'une ligne sont désignés Data_P et Data_N;

vérifier que les deux conducteurs Data_P et Data_N comportent un marquage distinct;

vérifier que le conducteur équipotentiel est désigné Bus_GND;

vérifier que le conducteur équipotentiel comporte un marquage distinct.
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ESD - Spécifications de section

A ESD - fond de panier de raccordement

Cet essai est conditionné par 5.1.2.20.

Vérifier par essai la mise en ceuvre de I'exigence 4.4.5.1 de la CEIl 61375-3-1.

Vérifier que Line_A et/ou Line_B par l'intermédiaire de points de connexion indépendants,
sont identifiées comme le montre la Figure 1, sous la forme:

o A.Data P et A.Data N respectivement;

e B.L[
5.2.4.3
Vérifie

mentio
de 30(

ata_P et B.Data_N.
.2 Connecteur ESD
- par essai la mise en ceuvre de I'exigence 4.4.5.2 de la CEl 61375:3-1. L'ex

nnée au point j) indique un courant source minimal de 70,0 mA et\on courant m
,0 mA. Cet essai vérifie que ces valeurs sont les valeurs minimale et maximal

igence
aximal
e. Une

premiére évaluation a vide est effectuée avant de soumettre a I'essai le courant minimal, puis

le cou
choisidg
arbitra
CEl 61
Calcul
Calcul

Calcul

Les ch

71,5 @

valeurs
comptg

a) la polarité et la disposition-des connecteurs doivent étre telles que le montre la Figu

b) me

ant maximal. La valeur de 350 mA, supérieure au courant maximal de 16,6
pour évaluer la limite de courant maximal. Cette valeur, méme si elle se

375-3-1.

pour le courant minimal: 5V/70mA =71,42 Q
pour le courant maximal: 5V /300 mA=16,6 Q
pour la surintensité: 5V /350 mA = 14,28 Q

arges choisies dans la série E96, spécifiée dans la CEl 60063, sont respecti
, 17,8 Q et 14,3 Q respectivement. Ces valeurs sont suffisamment proch
calculées. La puissance de résistance est choisie suffisamment élevée afin d
du déclassement.

surer 5,0 V £ 5 % comme indiqué dans le tableau suivant:

Tableau 8 — Mesure du repos

Points de mesure Résultat
Broche 8 a broche 6 50V+5%
Broche 9 a broche 7 50V+£5%

%, est
révele

re, équivaut a trois fois la tolérance de courant et 'de tension spécifiée dans la

ement
s des
e tenir

re 4;

c) cor

mecterune cirarge de 71,9 & % 5 Wemntre tecoupte debrochesimdigque

ans le

tableau suivant et mesurer la tension a ses bornes. Voir point j), 4.4.5.2 de la CEI 61375-

3-1

Tableau 9 — Mesure avec application de la charge pour un courant minimal

Points de mesure Résultat
Broche 8 a broche 6 50V+5%
Broche 9 a broche 7 50V+5%

d) connecter une charge de 17,8 Q 1 % 5 W entre le couple de broches indiqué dans le
tableau suivant et mesurer la tension a ses bornes;
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Tableau 10 — Mesure avec application de la charge pour un courant maximal

Points de mesure Résultat
Broche 8 a broche 6 50V+£5%
Broche 9 a broche 7 50V+£5%

e) connecter une charge de 14,3 Q 1 % 5 W entre le couple de broches indiqué dans le
tableau suivant et mesurer la tension a ses bornes.

Points de mesure Resultat

Broche 8 a broche 6 + 50 mV

Broche 9 a broche 7 + 50 mV
5.2.4.3.3 ESD - connecteur de la terminaison

Vérifie

\'

Le con

Tableau 11 — Mesure avec application de la charge pour une surintensité

- par essai la mise en ceuvre de I'’exigence 4.4.5.3 de la CEIl 61375-3-1.

o\
@
:c_5V_+ A.BUS_GND 6
@
B.Bus_GND 7
3
8 .
A Bus_5¥
. @ I J Rd
Vcec 5V + = Rm »
B.Bus 5V \\g_l 5 Ru/

Figure 3 — ESD — Essai du connecteur de terminaison

Pecteur contenant la terminaison ESD doit étre soumis a I'’essai suivant:

Connecter une source d’alimentation de 5 V 1 W protégée contre les courts-circuits, comme

le mon

tre la Figure 3.

Mesurer les tensions comme suit:

Tableau 12 — Mesures ESD de broche a broche

Points de mesure Résultat
Broche 6 a broche 1 2V+10%
Broche 6 a broche 2 4,7V £10 %
Broche 7 a broche 4 2V+10%
Broche 7 a broche 5 4,7V £10 %
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raccordée au dispositif, a savoir Data_P, Data_N et Bus_GND.

Les caractéristiques de chaque dispositif sont mesurées aux points ou la ligne est

b) Lorsque la mesure concerne un émetteur, le circuit du récepteur est en état de réception
normal.
c) Lorsque la mesure concerne un récepteur, le circuit de son émetteur est dans un état
d'impédance élevée.
d) Sile dispositif est raccordé par des connecteurs, ceux-ci sont inclus dans les mesures.
5.2.4.4.2 ESD - Forme d’onde du signal
Vérifie[ par essai la mise en ceuvre des exigences 4.4.8.1 et 2.4.8.3 de la CEI©1375-31.
Utilisen le dispositif d’essai décrit a la Figure 6:
Oscilloscope UT Test Equipment
T, eee TXxETxS RxS TXETxS RxS
channel A l_:-.. I. ..:.'.'I....:. I—:-.. ,. rryor I...':'
'y % R terminator/
. : Hiasin
Power Lferminator/ p— - g
biasin : & | Vpp
Suppl L Vpp i g E : i |
Data_P : Data_N
| |{Data_N tap Data_N s
hd o _I
Rm ’ [l | Rm
A . 1
Data_P .
ra [ [PaALF ~[]Rd.
I Bus_GND . Bus_GND
GND| ¢ -~ i &
— GNDJ_ B segment |ength ........................................................................ @b GND
Hégende
Anglais Francgais

Oscilloscope

Oscilloscope

IuT

IuT

Test Equipment

Equipement d’essai

Channel

Canal

Power Supply

Alimentation

Terminator/biasing

Terminaison/polarisation

Probe Sonde

Segment length Longueur de segment
Vpp Vee

GND masse

Figure 4 — ESD — Mesure de la forme d’onde
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A l'aide de l'oscilloscope a acquisition par mode par impulsion et du dispositif illustré a la
Figure 4, prélever une trame de I'lUT.

Le temps de montée du signal (10 % — 90 %) est inférieur a 20,0 ns a 1,5 Mb/s.

Le niveau de la trame transmise doit étre une tension différentielle a deux niveaux actifs:

— HIGH, lorsque la différence de tension (Data_P — Data_N) est comprise entre +1,5V <
(Up - Up) < +5,0 V;

— LOW, lorsque la différence de tension (Data_P — Data_N) est comprise entre -1,5V >
(Up—Up)>-50V.

Le niveau de début de la trame transmise doit étre une tension différentielle qui est:

— |[LOW, pendant au moins 0,125 us + 0,010 pus.

Le |niveau de fin de la trame transmise doit étre une tension différentielle qui est;

— |a I'état LOW pendant au moins 0,125 ps et au plus 1,0 BT.

Envoyé¢r au moins 100 trames. La gigue entre deux fronts consécutifs entre le Start_Bit et le

End_Dielimiter ne doit pas dépasser 10,0 ns.

L'oscilloscope @ mémoire numérique permet de cumuler la mésdre de la gigue (gigue(a long
terme)| Ceci est défini comme étant I'’écart d’un front montant'(ou descendant) a « n »|cycles
aprés |e premier front montant (ou descendant). L’oscilloscope fluorescent numérique peut
mesur¢r 100 cycles d’une trame entrant envoyée paryRIUT. L’essai a pour objet de fixer un
retard de 100 us (n x période de BT). |l s’agit de la caractéristique de gigue a long termg de la
trame pur 100 cycles ou pendant 66 us. La valeut: spécifiée pour la gigue est de + 10,0 ns, la

gigue ¢réte a créte mesurée ne doit pas dépasser 3 O.

5.2.4.5 ESD - récepteur

5.2.4.5.1 Réception de signal

Le présent paragraphe vérifie qpar essai la mise en ceuvre de l'exigence 4.4.9|de la
CEIl 61375-3-1 et s’applique & ses points a) et b). Le point c) de 4.4.9 de la CEI 61375-3-1
doit étfe garanti par la spécification de la fiche technique du récepteur et ne doit airsi pas

étre vérifié par essai.

Les cafractéristiques. du récepteur sont vérifiées par essai par application d’'une séquepce de
trames| contenanty256 bits de données aléatoires dans le champ de données, transitant|par un

modifigateur deforme d’onde. Le modificateur de forme d’onde doit pouvoir

a)
b)
c)

d)

prélever par échantillonnage le bit entrant et envoyer un bit sortant avec modification de
'amplitude comme I'exige I'essai;

prélever par échantillonnage le bit entrant et envoyer un bit sortant avec modification du
temps de montée comme I’exige I'essai;

prélever par échantillonnage le bit entrant et envoyer un bit sortant avec modification du
temps de descente comme I'exige I'essai;

prélever par échantillonnage le bit entrant et envoyer un bit sortant avec la gigue comme

I'exige I'essai;

1) Pamplitude du signal sortant émis par le modificateur de forme d’onde doit étre ajusté
pour obtenir I'affichage d’une tension différentielle de 250 mV cc par l'oscilloscope;

2) vérifier que I'lUT recgoit correctement toutes les trames.

5.2.4.5.2 Impédance d’entrée

Le présent paragraphe vérifie par essai la mise en ceuvre de l'exigence 4.5.7.1 de la
CEI 61375-3-1.
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La séquence est la suivante:

a) relier le dispositif d’essai et le générateur de forme d’onde comme le montre la Figure 6;

b) soumettre a I'essai I'’ensemble, avec le dispositif hors tension, puis sous tension mais
sans aucune transmission;

c) régler le générateur de maniére a produire un signal sinusoidal de 150 kHz1 a une tension
différentielle d’environ 5 V cc mesurée a Vi;

d) vérifier que le niveau est constant (+ 2 %) de 150 kHz a 1 500 kHz;
e) mesurer Vo (cc différentielle) avec le générateur réglé a 150 kHz;

f) il convient que Vo soit supérieure a Vi/2 V. Ceci vérifie que la résistance d’entrée
differentielle est supérieure a 12 k17,

g) calguler le rapport Vo/Vi; si ce dernier est =2 0,5, I’essai est satisfait.

5.2.5 Support électrique moyenne distance
5.2.5.1 Mesure des résistances terminales
5.2.5.1.1 Essai de résistance

Cet espai est destiné a vérifier I'exigence 4.5.3 de la CEl 61375-3-1.

Il s’agit d’'un essai de pure résistance des résistances tefminales des lignes A et B dy MVB,
’IUT étant hors tension.

La résistance doit voir la valeur suivante: Plage de 120 Q + 10 %.

5.2.5.1.2 Essai d’inductance

Cet espai est destiné a vérifier I'exigence?.5.3 de la CEl 61375-3-1.

L'essal| d’inductance des résistances’ terminales est exécuté par connexion d’un géné¢rateur
d’ondep sinusoidales a I'lUT et.par mesure du déphasage entre le courant et la tension

En opt|on, I'inductance peut étre mesurée avec un appareil de mesure LCR.

Le déphasage maximal admissible est égal a 0,087 rad dans une plage de fréqliences
comprise entre 0,5.et2,0 BR.

5.2.5.1.3 Mesure de la perte d’insertion

Les caraeteristiques d’un dispositif sont mesurées aux points de connexion, a I'endroit ou le
cable é aché—at—dispositi—par—tt A 3 S rReHeHees
CEI 61375-3-1, 4.5.6.2, sous la forme:

a) A1.Data_P, A1.Data_N et
b) A2.Data_P, A2.Data_N.

Le signal de sortie ou d’entrée d’un dispositif est la tension différentielle (UID — U,) au point de
connexion.

1 La limite de fréquence inférieure est de 150 kHz.

2 12 kQ est la valeur minimale spécifiée d'impédance.
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Pour les essais de conformité, il n’est pas nécessaire d’avoir accés a l'interface Line_Unit,
comme l'indique la Figure 5. Néanmoins, les diagrammes de synchronisation se référent aux

signaux de ladite interface, particulierement TxS et RxS, pour expliquer la spécification.

transmitter receiver
TxE TxS RxS

! Line_Unit interface A

attachment points

L [/ [ L
Zt 2t
U
(Up-Un)
Hégende
Anglais Francgais

Transmitter Emetteur

Receiver Récepteur

attachment points Points de.ednnexion

Lipe_Unit interface interface Line_Unit

Figure 5 — Mesure d’un-dispositif EMD

Lors (Ljr la mesure d’'un émetteur, le circuit 'du récepteur est en état de réception normal.
Lorsque la mesure concerne un récepteur, le circuit de son émetteur est dans yn état
d'impédance élevée.
La pefte d’insertion est mesurée en appliquant le signal sinusoidal d’'un géngrateur
(d’'impg¢dance interne = Zt) par\intermédiaire d’'un cable de 20,0 m aux points A1.Dafla_P et
A1.Dafa_N et en mesurant le’ signal par un voltmétre (connecté en parallele avgc une
impédance Zt) a I'extrémité d’'un autre cable de 20,0 m rattaché aux points A2.Datp_P et

A2.Dafa_N, ou inversement, comme le montre la Figure 8.

L’atténuation ests.définie comme le rapport, exprimé en décibels, de deux tg
différeptielles:

c) ung premiere tension étant fixée a 4,0 Vcc lorsque le dispositif est retiré et g
comnécteurs de cable sont couplés;

nsions

ue les

d) une seconde tension etant mesuree lorsque e disposItlT est Insere.

Pour cet essai, le dispositif de mesure illustré a la Figure 6 doit étre utilisé.

Un connecteur MVB de I'lUT est raccordé a une résistance terminale par I'intermédiaire d’un

cable MVB de 20 m. L’autre connecteur MVB de I'lUT est raccordé a un générateur d

‘'ondes

sinusoidales (avec une résistance interne Zt = 120 Q) par I'intermédiaire d’'un cable MVB de

20 m. L’amplitude du signal de sortie du générateur de fréquences est réglée a une t
de 4 V a I'emplacement du voltmétre, sans insertion de I'lUT.

ension

La perte d’insertion est mesurée comme le rapport entre la tension présente a 'emplacement
du voltmétre avec un dispositif d’essai sans IUT, avec des cables en court-circuit (2 x cable

MVB de 20 m) (1)), et la tension présente avec insertion de I'lUT (2).
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Avec I'lUT hors tension ou en fonctionnement normal, la perte maximale admissible aux
fréquences comprises entre 0,5 BR et 2,0 BR est de 0,15 dB.

5.2.51

Pour s
quatre

a)

Zt=120Q 20 m 20 m Z2t=120 Q

f=0.5BR Al.Data_P g g A2.Data

f=2.0BR A1.Data_N A2.Data_N

1) IUT removed

g
|

L

cable connectors directly connected luT 2) T inserted

égende

Anglais Frangais

(:

T removed, cable connectors directly connected | IUT retirée, connecteurs de cable directement
connectés

y

T inserted IUT insérée

Cir|
le
che
ci
le g

r

totale est égale a 0,42 + 1'% de celle de la terminaison;

ci
le
rés
ung
ci

le g

r

r

Figure 6 — Mesure de la perte d’insertion

4 Mesure de la forme d’onde du signal lofs)de la transmission

imuler approximativement la charge de I’émetteur avec un cable et des disp
circuits d’essai, correspondant a quatre cas.d’essai, sont spécifiés:
cuit d’essai léger:

circuit d’essai léger simule une Jligne comportant un seul dispositif. La valeur
rge résistive totale est égale a 0;5 £+ 1 % de celle de la terminaison;

cuit d’essai lourd:
ircuit d’essai lourd simulexun bus entierement chargé. La valeur de la charge ré

Ccuit d’essai a vide:
Circuit d’essai @ vide simule le comportement d’un cable de 200,0 m sans réq
valeur d€,2;2 Q + 1 %;

cuit d.essai de court-circuit:
ircuit-d’essai de court-circuit simule une défaillance de ligne, il consiste uniquem

ositifs,

de la

sistive

epteur

stif. Les candensateurs ont une valeur de 150,0 pF £10 % chacun, et les résistances

ent en

un

circdit de mesure du courant.

Ces circuits sont présentés a la Figure 7.
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< light test circuit
transmitter under test 0.5t
<
Data_P T
. e < heavy test circuit
xS ? L 0,42 7t
—< <—<37
E Data_N
idling test circui

<O 1 [}
Zt J. 220 J. 220 J. 2t

o 150pFT 150pF-|- 150pF-|-
<—(j)—o/ short test circu

—

<—(37

Uégende
Anglais Francgais
Tdansmitter under test Emetteur en essai
light test circuit circuit d’essai léger
Heavy test circuit circuit d’essai lourd
IdJing test circuit Circuit d’essai a vide
Short test circuit Circuit d’essai de court-circuit

Figure 7 —'Circuits d’essai de I’émetteur EMD

L’ampllLtude stationnaire est.définie comme I'amplitude moyenne du signal de sortie Iprsque
les trapsitoires se stabilisent.

Cet espai est destiné a“vérifier les exigences 4.5.9.1 et 4.5.9.3 de la CEl 61375-3-1.

La forfme d’onde des signaux émis par I'lUT lors de la transmission est mesurée dar|s trois
configyrations:

En raison'du codage des données, I'émetteur génére des impulsions dont Ia longueurlest de
un bit (1,0 BT), d'un demi-bit (0,5 BT) ou d'un bit et demi (1,5 BT): 'opérateur doit choisir une
de ces trois impulsions pour synchronisation.

Par I'envoi d’'une trame maitre F_CODE4 souscrite par I'lUT comme port émetteur, le TE
autorise I'lUT a envoyer une trame esclave: le signal de sortie différentiel émis par I''UT
(trame esclave) est mesuré a IUT pour les canaux A et B a I'aide d’un oscilloscope. La trame
d’origine des bits de données de I'lUT est une séquence de

— 64 bits mis a « 1 » (premiére phase);

— 64 bits mis a « 0 » (deuxiéme phase);

— 64 bits (troisiéme phase) avec la séquence « 10 » répétée a 32 reprises;

— 64 bits (quatriéeme phase) avec la séquence "01” répétée a 32 reprises.
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Conformément a la CElI 61375-3-1, cette séquence doit étre conforme a 4.5.9.1 ainsi qu’aux

points

suivants:

e) le signal doit avoir un niveau de tension de +5,5 V max. et de +1,5 V min. symétriquement
a la ligne zéro (voir CEl 61375-3-1, 4.5.9.1);

f) la différence entre les amplitudes de régime permanent de deux impulsions successives

ne

doit pas dépasser 100 mV;

g) la vitesse de variation du signal de sortie doit étre supérieure a 15 mV/ns dans une
période de 0,100 us a partir du passage par zéro (voir CEl 61375-3-1, 4.5.9.1);

h) La gigue maximale doit étre limitée a £2 %. Cette gigue est définie comme la différence de
temps entre deux passages par zéro de la tension de signal en référence a un intervalle

théprique de un Temps Bit (voir CEl 61375-3-1, 4.5.9.1);

i) La
et

régime permanent.

L'émetteur peut, en option, utiliser une technique appelée Pré-emphaselafin d'améli
qualité] du signal. Dans ce cas, I'émetteur doit satisfaire aux exigences susmentionn
I'exception de I'exigence i) substituée par les exigences suivantes:

i) le napport de I'amplitude de Pré-emphase et de I'amplitude_en régime permanent
sityer dans la plage comprise entre 165 % et 235 %;

k) la dqurée de l'impulsion de Pré-emphase, mesurée a partir de la partie frontale de 13

d'o
) la

impgulsions consécutives ne doit pas dépasseri0,20 V.

Le dis
placé

Le cirquit d’essai léger doit étre déconnecté. Le circuit d’essai a vide doit étre placé a

de con

La ré

caracteristiques:

— la tension ne doit pas dépasser 200 mV (voir CElI 61375-3-1, 4.5.9.3).

La ten

La tramme doit étre fermée avec un symbole « NL» suivi d’'un symbole « NH » (voir CEI

3-1, 6.

L'ampl
désact

suroscillation du signal de sortie, définie comme le rapport entre I'amplitude, ma
'amplitude en régime permanent ne doit pas dépasser 10 % de son-.amplity

hde, doit étre de 330 ns au maximum;

différence entre I'amplitude en régime permanent positive et négative dansg

positif d’essai en charge lourd doit étre"déconnecté. Le circuit d’essai léger dq

hexion de I'lUT (voir Figuré 7).

ponse de I'lUT deit- comporter le délimiteur de fin de trame avec ce

5ion doit aveir chuté a moins de 100 mV aprés 300 ns (voir CEl 61375-3-1, 4.5.9.

1.6, €t codage Manchester ou Bi-phase-L).

Ximale
de en

prer la
ées, a

doit se

forme

deux

it étre

bu point de connexion de I'lUT (ousZt = 120 Q), lopérateur doit vérifier les mémes
éléments précédents (e), f), g), h), i)), avec le nouveau circuit d’essai (voir Figure 7).

I point

rtaines

3);
51375-

ive.

tude du signal de sortie doit étre supérieure a 4,5V avant que I'émetteur ne soit

Ces points peuvent étre vérifiés sur I'lUT pour les canaux A et B a I'aide d’un oscilloscope.

Si I'émetteur utilise la Pré-emphase, il doit satisfaire aux exigences e),f),g),h) et I’exigence i)
est remplacée par les exigences suivantes:

m) le rapport de I'amplitude de Pré-emphase' et de I'amplitude en régime permanent doit se
situer dans la plage comprise entre 165 % et 235 %;

n) la durée de l'impulsion de Pré-emphase, mesurée a partir de la partie frontale de la forme

d'o

nde, doit étre de 330 ns.
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5.2.5.1.5 Seuil de I’essai de comportement du récepteur fixé a 200 mV

Cet essai vérifie I'exigence 4.5.10.1 de la CEI 61375-3-1.

Pour vérifier par essai le comportement de réception de I'lUT, il est nécessaire de déterminer
la valeur de I'écart maximal du signal regu par rapport au signal théorique, a laquelle I'lUT
peut continuer a interpréter correctement les données regues.

L'IUT est connectée au TE par I'intermédiaire du cable MVB d’une longueur de 20 m.

Pour générer ce type de signal non théorique, I'’émetteur du TE comporte une résistance

’ A FP-C SN HEe-alAra-antae PR IO~ P S LWV TP | 4 trona mattrac—a—200-na\ L 5 U ax A
d atte atoTT SUpPpPTCTICT tanm T guT ToUaTt r arnprmiouc Ut oS amcs TartT TS a oo Ty a T o't ree de

PIUT.

Si 'lUT a recu correctement la trame maitre du TE, elle accusera réception de,1’émissilon par
I’envoi|d’'une trame esclave. Aucune trame esclave ne peut étre perdue.

5.2.5.1.6 Seuil de I’essai de comportement du récepteur fixé a 500 mV

Cet espai vérifie I'exigence 4.5.10.1 de la CEl 61375-3-1 lorsque |le seuil de 500 mV esf fixé.

Pour vgrifier par essai le comportement de réception de I'lUT, il 'est nécessaire de détgrminer
la valgur de I'écart maximal du signal regu par rapport au'signal théorique, a laquelle I'lUT
peut continuer a interpréter correctement les données regles.

L'IUT gst connectée au TE par I'intermédiaire du cable MVB d’une longueur de 20 m.

Pour dénérer ce type de signal non théorigude, I'émetteur du TE comporte une résistance
d’atténuation supplémentaire qui réduit 'amplitude des trames maitres a 750 mV a I'en{rée de
"UT.

Si I'lUT a regu correctement la trame” maitre du TE, il accusera réception de I'émission par
I’envoi|d’'une trame esclave. Aucune trame esclave ne peut étre perdue.

5.2.6 Suites d’essais de'l’état du dispositif esclave

La suite d’essais de I’état du dispositif esclave doit étre exécutée en phases distincteg selon
les capacités de I'lUT-Les phases suivantes sont spécifiées:

a)

D

sqai commun;
b) esdai personnalisé;
c)

(]

sqai(spécifique a la classe.

La phase 1 couvre les essais communs a tous les dispositifs indépendamment des capacités.

La phase 2 couvre les essais destinés a étre appliqués aux dispositifs qui nécessitent une
méthode d’essai personnalisée dépourvue de certaines capacités ou caractéristiques (a titre
d’exemple un dispositif de classe une peut étre connecté aux ports destinataires mais pas
aux ports émetteurs; il n’est par conséquent pas capable de répondre aux données d’essai
entrantes au niveau de I'application).

La phase 3 couvre les essais spécifiques a une certaine classe MVB.

5.2.6.1 Essai commun

Cet essai s’applique aux classes 1, 2, 3, 4 et 5.
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Cet essai ne s’applique pas a la classe 0.

5.2.6.1.1 Exigences

Les exigences relatives a I'lUT et I’exigence relative a I’équipement d’essai sont spécifiées
par les paragraphes suivants.

5.2.6.1.1.1 Exigences relatives a I'lUT

Le fournisseur de I'lUT doit définir:

)

I'adresse physique de I'lUT;

O

la gapacité de redondance physique;

o O

les|capacités du dispositif (classe de dispositif);

D

)
)
) le temps T_ignore du dispositif;
)
)

I'ogtion de configuration consistant a exécuter la commutation autematique lorsque le
dispositif répond a une Device_Status_Response (essai LAT et ERD)Si le dispogitif est
de classe 1, cette spécification n’est pas exigée?3;

f) la procédure de génération d’'un dysfonctionnement de I'lUT ou'd’une défaillance axterne
au dispositif sans effet sur la communication (essai SDD);

g) la procédure de forgage/non forcage d’au moins un poft de I'lUT a la valeur impposée
(espai FRC). Non applicable a la classe 1;

h) la procédure de placer I'lUT a I'état non opérationnéel sans effet sur la communicatign et la
procédure de rétablissement de I'lUT a I'état opérationnel (essai DNR).

5.2.6.1.1.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

L’équipement d’essai doit comporter un dispositif MVB de classe 4 ou plus (dispositif maftre)
avec g possibilité de connexion soit des \deux lignes (LINE_A et LINE_B), soit avec ung ligne
simple|(LINE_A ou LINE_B).

L’équipement d’essai doit comporter un dispositif MVB de classe 2 ou plus avec une inferface
de gestion (MGI) pour envoyer un message de demande WRITE_RESERVATION a I'lYT (voir
I’essai|SER dans la présente norme).

NOTE | es deux dispositifs susmentionnés peuvent étre le méme dispositif (maitre et esclave).
5.2.6.1.2 Procédure d’exécution de I’essai commun

Les articles dlessai présentés ci-aprés comportent des questions de demande de preuve,
I’articlg approprié spécifiant I’essai visant a démontrer la conformité a la question.

5.2.6.1.21 ____Protacole d’état de dispositif

Cet essai vérifie 'exigence 8.4.2 de la CEIl 61375-3-1 résumée par la question suivante:

un dispositif répond-il avec sa Device Status Response, lorsqu’il recoit une Trame Maitre
avec F_code = 15 (Device_Status_Request) et avec sa propre adresse ?

L’équipement d’essai doit envoyer une Device_Status_Request ou plus.

L’essai est satisfait si la réponse de I'lUT est une Device_Status_Response (réponse d'une
longueur de 16 bits) pour chaque Device_Status_Request.

3 Pour les dispositifs de classe 1, si un dispositif répond a une Device_Status_Request par une
Device_Status_Response (avec RLD=0), la commutation est obligatoire.
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L’essai doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.1.2.2 RLD et LAT

Cet essai vérifie les exigences 8.4.1.2.4 de la CEl 61375-3-1 résumées respectivement par
les questions suivantes:

e le drapeau RLD est-il mis a 1 si la Observed_Line est perturbée ?

e le drapeau LAT est-il affrmé si la trame maitre de ce télégramme a été regue sur la
Line_A, et nié si elle a été regue surla Line_B ?

En utilisant une configuration sans redondance de couche physigue, I'équipement d’essai doit
envoygr une séquence de Device_Status_Request et lire I’état des drapeaux LAT)¢t RLD
dans la Device_Status_Response renvoyée par I'lUT.

L’essal est satisfait si le drapeau RLD est toujours mis a 1 et si le drapeau LAT est tqujours
mis a |lpn méme valeur.

L’essal doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées!

En utilisant une configuration avec redondance de couche physique, I'équipement d’essai doit
envoygr une séquence de Device_ Status_Request avec la“séquence suivante d’'dtat de
connexion de la ligne.
a) Au[moins une Device_Status_Request avec connexion de I'une ou l'autre des lignesd.
b) Au|moins une Device_Status_Request avec connexion de la seule ligne A.
¢) Au|moins une Device_Status_Request avec connexion de 'une ou l'autre des lignes.
d) Au|moins une Device_Status_Request ave¢ connexion de la seule ligne B.
Pour dhaque étape, I'’équipement d’essai’ doit effectuer la vérification suivante ('essai est
satisfa|t si):
Etape . Toutes les Device_Status_Responses dans cette étape doivent avoir RLD = 0.

Etape R. Toutes les Devicé Status_Responses dans cette étape doivent avoir LAT=1 et
RLD=1.

Etape B. Toutes lesDgvice Status_Responses produites lors cette étape doivenf avoir
RLD = 0.(SiTIUT est un dispositif de classe 1 ou si cette option de configlration
est réglée-pour l'autre classe, le bit LAT doit changer a chaque fois, ou doif rester
égal@-.
Etape #. Toutes les Device_ Status_Responses dans cette étape doivent avoir LA[T=0 et
RLD=1.

5.2.6.1.2.3 SDD

Cet essai vérifie I'exigence 8.4.1.2.4 de la CEIl 61375-3-1 résumée par la question suivante:

Le drapeau SDD est-il mis a 1 par un dysfonctionnement du dispositif (par exemple: erreur de
somme de contréle de ROM ou de RAM) ou par une défaillance extérieure au dispositif (par
exemple: capteurs endommagés) et nié une fois la défaillance éliminée ?

La séquence d’essai est la suivante:

a) l'appareil d’essai doit exécuter la procédure de génération d’'un dysfonctionnement de
I'IUT ou d’'une défaillance extérieure au dispositif sans effet sur la communication (voir
exigence 6 de I'lUT).

L’essai est satisfait si, pour chaque Device_Status_Request envoyée par I’équipement
d’essai, la Device_ Status_Response de I'lUT contient le drapeau SDD égal a 1.
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L’essai doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées;

b) I'appareil d’essai doit exécuter la procédure de suppression du dysfonctionnement de
I'IUT ou de la défaillance extérieure au dispositif (voir exigence 6 de I'lUT)

L’essai est satisfait si, pour chaque Device_Status_Request envoyée par I'équipement
d’essai, la Device_Status_Response de I'lUT contient le drapeau SDD égal a 0.

L’essai doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées.
5.2.6.1.2.4 Drapeau ERD (option)

Cet essai vérifie les exigences 6.2.4.2 et 8.4.1.2.4 de la CEI61375-3-1 résumées

respe nement par la qllnehr\n suivante:

Le drapeau ERD est-il affirmé si T_ignore > T_reply_def, et nié dans le cas contraire ?

L’équipement d’essai doit envoyer plusieurs Device Status Request et dndiquer I'dtat du
drapej: ERD dans la Device_Status_Response renvoyée par I'lUT au T{ignore définil par le
fournisiseur de I'lUT.

(les critéres de réussite doivent étre définis).
L’essal doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.1.2.5 Drapeau FRC

Cet espai vérifie I'exigence 8.4.1.2.4 de la CEIl 613%5-3-1 résumée par la question suivgnte:

Le drapeau FRC est-il affirmé si un port queleonque a été forcé a une valeur imposée et nié si
tous lefs ports raccordés au MVB sont dans:‘état non forcé ?

L’équipement d’essai doit envoyer une séquence de Device_ Status_Request et lire I'¢tat du
drapequ FRC dans la Device_Status*Response renvoyée par I'lUT.

Si 'lUT est un dispositif de classe 1, I'essai est satisfait lorsque le drapeau FRC est tgujours
mis a 0.
Si I'lUT est de classelsupérieure a 1, I’essai est satisfait lorsque:

e le drapeau FRC est mis a 1 si au moins un port de I'lUT est forcé a une valeur imposée
(vojr exigence 7 de I'lUT);

IIUTY:

o quirapeau FRC est mis a 0 si aucun des ports de I'lUT n’est forcé (voir exigence 7 de

L’essai doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.1.2.6 Drapeau DNR

Cet essai vérifie I'exigence 8.4.1.2.4 de la CEI 61375-3-1 résumée par la question suivante:

Le drapeau DNR est-il étre affirmé si le dispositif n'est pas opérationnel (par exemple,
application ne fonctionnant pas) mais capable de fonctionner normalement sur le bus, et nié
si le dispositif est opérationnel ?

L’équipement d’essai doit envoyer une séquence de Device Status_Request et lire I'état du
drapeau FRC dans la Device_Status_Response renvoyée par I'lUT.

L’essai est satisfait lorsque:
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e le drapeau est mis a 1 si 'lUT n’est pas opérationnelle (voir exigence 8 de I'lUT);
e le drapeau est mis a 0 si le dispositif est opérationnel (voir exigence 8 de I'lUT).

L’essai doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.1.2.7 Drapeau SER

Cet essai vérifie I'exigence 8.4.1.2.4 de la CEl 61375-3-1 résumée par la question suivante:

Le drapeau SER est-il affirmé si le dispositif a été réservé pour un usage exclusif
lorsque cet usage exclusif est suspendu ou arrive a expiration ?

et nié

Si I'lUT est un dispositif de classe 1, I'équipement d’essai doit envoyer une séque
Devicg Status_Request et lire I'état du drapeau SER dans la Device_ StatusJRe;s
renvoyge par I'lUT. L’essai est satisfait si le drapeau SER est toujours mis a 0¢

Si 'lUT n’est pas un dispositif de classe 1, 'administrateur de bus de,Véquipement
doit erflvoyer une séquence de Device_ Status_Request pour lire I'état'du drapeau SE}
la Device_ Status Request renvoyée par I'lUT. Le dispositif de stimulation de class
I’équipement d’essai doit envoyer un message de demande WRITE' RESERVATION

nce de
sponse

’essai
R dans
p 2 de
a 'uT

avec I champ COMMANDE mis a RESERVE, et doit, aprés-une durée suffisanfe (par

exemple, 1 s), envoyer un message de demande WRITE (RESERVATION a I'lUT 4
champ| COMMANDE mis a KEEPREL. L’essai est satisfait_si le drapeau SER est nj
aprés lla premiére commande, et s'’il est mis a 0 aprés la-s€conde commande.

5.2.6.1.2.8 Champ des capacités

Cet esgsai vérifie I'exigence 8.4.1.2.2 de JaCEI 61375-3-1 résumée par les qu{
suivantes:

vec le
is a1

pstions

a) Le pit SIP est-il mis a « 1 » pour un dispositif spécial et mis a « 0 » pour un disposifif avec

DeVice_Status et la capacité Données de Processus ?
b) Le it BA est-il mis a « 1 » pour.dispositif non spécial ayant la capacité administraf

eur de

bug et mis a « 0 » pour dispositif non spécial n'ayant pas la capacité administrateur de

bug ?

c) Le pit GW est-il mis a.«\ » pour dispositif non spécial ayant la capacité passerelle
a «|0 » pour dispositifyjnon spécial n’ayant pas la capacité passerelle ?

d) Le|bit MD est-ik. mis a « 1 » pour dispositif non spécial ayant la capacité donng
mefsagerie etymis a « 0 » pour dispositif non spécial n’ayant pas la capacité donn
mepgsagerie™?

L’équipemeént*d’essai doit envoyer une Device_Status_Request ou plus et indiquer I’
champ| d€s capacités (drapeaux SP, BA, GW et MD) dans la Device_Status_Rej

et mis

bes de
fes de

ptat du
sponse

renvoygée par t T auxcapacités dudispositif (crasse dedispositifdefimies par te fabricant.

L’essai doit étre achevé si 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.2 Essai personnalisé

Cet essai doit étre exécuté a l'aide d'un stimulateur fourni par le fabricant de I'lUT. Seul
I’enregistreur de données doit étre fourni par le laboratoire d’essai pour soumettre I'lUT a

I'essai.

5.2.6.2.1 Exigence relative a I'lUT

L’adresse physique de I'lUT est requise.
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5.2.6.2.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

L’équipement d’essai est fourni partiellement par le fournisseur de I'lUT, la partie concernée
étant un stimulateur qui doit étre capable d’envoyer a I'lUT toutes les données de processus
destinataires présentes dans la Periodic_List de I'lUT (trame maitre + trame esclave) en
utilisant la période correcte dans tous les cas. Une entrée du stimulateur doit pouvoir étre
utilisée pour éviter 'envoi d‘au moins un seul port.

Le stimulateur doit, de maniére périodique, envoyer une Device Status Response pour
vérifier la Device_Status_Response envoyée par I'lUT.

L’équipement d’essai est complété une second partie fournie par le laboratoire d’essai. Cette
partie | est un enregistreur de données qui doit pouvoir verrouiller et afficher Ila
Devicg Status_Response envoyée par I'lUT.

5.2.6.2.3 Procédures de I’essai personnalisé
Cet espai vérifie I'exigence 8.4.1.2.4 de la CEl 61375-3-1 résumée par la question suivante:

Le drapeau SSD est-il mis a 1 lorsque la surveillance de rafraichissement d'un port
guelcopque s’est déclenchée, et nié lorsque tous les ports configurés ont fongtionné
normalement ?

Le modle opératoire est le suivant:

a) Le [stimulateur doit envoyer toutes les données de/processus destinataires publi€es par
I'ITUT en utilisant la période correcte.

L’epsai est satisfait si, pour chaque Device _Status_Request envoyée par le stimylateur,

b) Le ptimulateur ne doit pas envoyer toutes les données de processus destinataires de I'lUT
en [utilisant la période correcte, maistau moins une donnée de processus destinataire doit

L’epsai est satisfait si, pour.chaque Device_ Status_Request envoyée par le stimylateur,
la Device_Status_Response,de I'lUT contient le drapeau SSD égal a 1.

L’epsai est achevé lorsque 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.3 Essai de classe spécifique

Cet espai vérifieflle<champ Class_specific de la Device_Status_Response de I'lUT.

d’administrateur de bus, de passerelle ou de données de messagerie).

Le champ des capacités est «0000».
5.2.6.3.1.1 Exigence relative a I'lUT

Pour effectuer cet essai, le fournisseur de I'lUT doit définir 'adresse physique de I'lUT.

5.2.6.3.1.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

L’équipement d’essai doit fournir un dispositif MVB avec une capacité d’administrateur de bus
(dispositif maftre).
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5.2.6.3.1.3 Mode opératoire

Cet essai vérifie I'exigence 8.4.1.2.3.1 de la CEI 61375-3-1 qui est résumée par les questions
suivantes:

Un dispositif de classe 1 répond-il avec le champ « spécifique » mis a « 0000 » ?

L’équipement d’essai doit envoyer plusieurs Device Status Request a I'lUT et vérifier que
I’état du champ “spécifique” dans la Device_Status_Response fournie par I'lUT est toujours
“0000”.

I Sttt Racht + nt n P~y
CVICC—UTatoS_ M\ CUU T ST oSUTTC CTTvOyC TSy
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5.2.6.3.2 Essai spécifique a I’administrateur de bus
Cet epsai doit étre appliqué a I'lUT s’il s’agit d'un dispositif ayant “Une capacité

d’admipistrateur de bus, c’est-a-dire dispositif non spécial ayant une capacité’d’adminidtrateur
de bus), indépendant de la capacité passerelle et de la capacité données’'de messagerid.

Les p:rses suivantes constituent la procédure d’essai:

e drapeau ACT,;
e bitd AX1 et AXO;
e drapeau MAS.

5.2.6.3.2.1 Exigence relative a I'lUT
Le fabticant de I'lUT doit, en utilisant cet essai} définir:

a) l'adresse physique de I'lUT;
b) I’Ag¢tualisation_Key de la Liste Périodique;

c) la procédure de « configurationt» (avec une Bus_Configuration) et, en option, la progédure
de |“non configuration” (exéclte uniquement le Event_Round et le Devices_Scan) de
I'olljet MVB_Administrator de I'lUT.

5.2.6.3.2.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

L’équipement d’essar doit fournir un dispositif MVB ayant une capacité administrateur e bus
(dispogitif maitre).avec une Actualisation_Key modifiable.

Il doif également fournir un enregistreur de données afin de lire toutgs les
Device ‘Status_Response provenant de I'lUT.

Il serait plus approprié que les deux dispositifs susmentionnés soient le méme dispositif
(maftre et esclave).

5.2.6.3.2.3 Bits AX1 et AXO

Cet essai vérifie I'exigence 8.4.1.2.3.3 de la CEl 61375-3-1 qui est résumée par les questions
suivantes:

a) Le bit AX1 correspond-il au second bit de poids faible de la Actualisation_Key de la
Liste Périodique ?

b) Le bit AXO correspond-il au bit de poids faible de la Actualisation_Key de la Liste
Périodique ?
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Au démarrage (inauguration du bus), I'équipement d’essai doit assurer la maitrise avant I'lUT
(il peut étre nécessaire de mettre I'équipement d’essai sous tension avant I'lUT).

Le dispositif administrateur de bus de I'équipement d’essai doit envoyer plusieurs
Device_Status_Request a I'lUT et vérifier que I'état des bits AX0O et AX1 du champ
“spécifique” dans la Device_Status Response correspond aux deux derniers bits de poids
faible de la Actualisation_Key dans la liste périodique définie par le fabricant de I'lUT.

L’essai est achevé lorsque 10 Device_Status_Request sont envoyées.

5.2.6.3.2.4 Drapeau ACT

Cet espai vérifie I'exigence 8.4.1.2.3.3 de la CEIl 61375-3-1 qui est résumée par la qlLestion
suivanie:

Le bit ACT est-il mis a 1 si le dispositif est actualisé (avec une Bus_Configuration) et mis a 0
si le dippositif n’est pas actualisé (exécute uniquement Event_Round et Devices_Scan)|?

Au démarrage (inauguration du bus), I'équipement d’essai doit assurerTa maftrise avant I'lUT
(il peuf étre nécessaire de mettre I'équipement d’essai sous tension avant I'lUT).

Le dispositif administrateur de bus de I'équipement d’essai doit alors envoyer une séquence
de Deyice_Status_Request a I'lUT et vérifier que lorsque I'lUT est « configurée p (voir
exigence 3 de [I'IUT), I'état du drapeau ACT,o/~du champ “spécifique” dgns la
Deviceg Status_Response est mis a 1, et lorsque I'lUT_est « non configurée » (voir exigence 3
de I'lU[), I’état du drapeau ACT est mis a 0.

L’essal est achevé lorsque 10 Device_ StatusRequest sont envoyées.

5.2.6.3.2.5 Drapeau MAS

Cet espai vérifie I'exigence 8.4.1.2.3'3 de la CEIl 61375-3-1 qui est résumée par la question
suivanie:

Le bit MAS est-il mis a 1 si le dispositif est le maitre actuel et mis a 0 si le dispositif n’¢st pas
le maifre actuel ?

Pour gffectuer cetessai, le dispositif administrateur de bus de I’équipement d’esspi doit
utiliser|la méme Actualisation_Key de I'lUT qui doit étre «configurée”.

Au dérmparrage“(inauguration du bus), 'équipement d’essai doit assurer la maitrise avant I'lUT
(il peul étre-nécessaire de mettre 'équipement d’essai sous tension avant I'lUT).

Dans cet état (phase 1), le dispositif administrateur de bus de I'équipement d’essai doit
envoyer une ou plus Device_Status_Request a I'lUT.

L’équipement d’essai doit alors exécuter une procédure de transfert de maitrise pour régler
I'TUT comme maitre du bus.

Dans cet état (phase 2), I'lUT doit envoyer une Device_Status_Request ou plus a elle-méme.

L’essai est satisfait si au cours de la phase 1, le drapeau MAS de |la
Device_Status_Response de I'lUT est mis a 0, et si au cours de cette méme phase, le
drapeau MAS de la Device_Status_Response de I'lUT est mis a 1.

L’essai est achevé lorsque 10 Device_Status_Request sont envoyées.
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5.2.6.3.3 Essai spécifique a la passerelle

Cet essai doit s’appliquer a I'lUT s’il s’agit d’'un dispositif ayant la capacité passerelle
(dispositif non spécial, aucune capacité administrateur de bus, capacité de passerelle,

indépe

ndante de la capacité données de messagerie).

L’autre bus connecté a I'lUT peut étre le bus WTB ou un autre bus. Ces bus ne sont

néanm

Les ph

e dra

oins pas concernés par cet essai.

ases suivantes constituent la procédure d’essai:

peau STD;

e dra
5.2.6.3
Pour p

a) l'ad

b) la
de

c) la
pro

5.2.6.3

L’équiy
(dispos

5.2.6.3.

Cet es
suivan

Le Bit

peau DYD.
3.1 Exigence relative a I'lUT
pbuvoir effectuer cet essai, le fabricant de I'lUT doit définir:

resse physique de I'lUT;

rocédure de mise du bus MVB de I'lUT en état de perturbation statique et la pro
retrait et de remise en place de I'lUT dans des conditions,normales;

cédure de retrait et de remise en place de I'lUT dans des conditions normales.

3.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

ement d’essai doit fournir un dispositif MVB ayant la capacité administrateur
itif maftre).

3.3 Drapeau STD

cédure

brocédure de mise du bus MVB de I'lUT en état de“perturbation dynamique et la

de bus

sai vérifie I'exigence 8.4.1.2.3(4 de la CEIl 61375-3-1 qui est résumée par la question
e:
S5TD est-il mis a "1" pourindiquer une perturbation statique (bus distant défaillan

La séq

ence d’essai est [a suivante:

a) l'egsai doit exécuter la procédure de mise du bus distant de I'lUT en état de pertu
stafique (voirexigence 2 de I'lUT).

I'eqsai estisatisfait si, pour chaque Device_ Status_Request envoyée par I'équif

d’epsail_Jla Device Status_Response de [I'lUT contient le drapeau STD du
“spgcifique” égal a 1;

) ?

rbation

ement
champ

b) I'essai doit exécuter la procédure de retrait de I'état de perturbation statique du bus
distant de I'lUT (voir exigence 2 de I'lUT).

L’'essai est satisfait si, pour chaque Device_ Status Request envoyée par I'équipement
d’essai, la Device_ Status_Response de I'lUT contient le drapeau STD du
“spécifique” égal a 0.

5.2.6.3.4 Drapeau DYD

champ

Cet essai est destiné a vérifier I'exigence 8.4.1.2.3.4 de la CEI 61375-3-1 qui est résumée par
la question suivante:

Le bit DYD est-il mis a "1" pour indiquer une perturbation dynamique (par exemple,

inaugu

ration du train) ?
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a)

5.2.7 Suites d’essais de données de processus

L’essai doit exécuter la procédure de mise du bus distant de I'lUT en état de perturbation
dynamique (voir exigence 3 de I'lUT).

L’essai est satisfait si, pour chaque Device_Status_Request envoyée par I’équipement
d’essai, la Device_Status Response de I'lUT contient le drapeau DYD du champ
“spécifique” égal a 1.

L’essai doit exécuter la procédure de retrait de I'’état de perturbation dynamique du bus
distant de I'lUT (voir exigence 3 de I'lUT).

L’essai est satisfait si, pour chaque Device_Status_Request envoyée par I’équipement
d’essai, la Device_Status Response de I'lUT contient le drapeau DYD du champ
“spécifique” égal a 0.

L'IUT doit étre soumise a certains essais de confiance pour faciliter la vérification pal essai
de la gapacité données de processus sans sacrifier son étendue. Un essai de confiance n’est
pas exhaustif, ni ne couvre pleinement tous les cas possibles faisant)référencg a la
spécification. Néanmoins, il donne la confiance que son étendue est suffisamment impprtante
pour agsurer la conformité. L’utilisation des essais de confiance présente certains avarntages:

exécutjon rapide, faible colt, réduction des erreurs en cours d’essai;

Les sujtes d’essais suivantes sont mises en ceuvre:

esdai simple;
esdai de grande étendue;

esdai personnalisé.

L’essal simple est destiné aux dispositifs deZclasse 1 sans capacité de calcul. || peut

néanmjoins étre appliqué aux classes supérietres des dispositifs MVB.

L’essal| de grande étendue est destiné.'exclusivement aux dispositifs MVB avec capacité de

calcul.

L’essa| personnalisé est destiné-a la mise en ceuvre d’un dispositif MVB sur lequel [I’'essai
simple| et I'essai de grande” étendue ne peuvent pas étre exécutés en raisogn des

caracte¢ristiques de mise gh.ceuvre, bien qu’elles soient conformes a la CEI 61375-3-1.

5.2.71 Essai simple

Cet espai est destiné a veérifier I'lUT de classe 1 MVB mise en ceuvre sans capacité de ¢alcul.

L'IUT [|doit fournir des données de processus destinataires (données de progessus
destingtaifes d’essai) et des données de processus d’émission (données de professus

d,, . . 1y I . " , . PRSIV, 1 o )y .
emissroma Coodl) YUTTIT SUTIL Pdo TITLTCOSSAITTITITITU UTUITTS dUA STUITS TITTo U ' ©oodl.

Lorsque I'lUT recgoit les données de processus destinataires, elle place un bit unique dans un
registre; lorsqu’elle envoie les données de processus d’émission, elle récupére la valeur
recue et écrite précédente, puis I’'envoie.

L'utilisation d’un registre d'essai réclame I'application d’'un matériel supplémentaire avec le
dispositif. Néanmoins, dans certains cas, le méme registre peut étre utilisé a des fins
d’application ou pour d’autres essais (par exemple, pour I’essai de la couche physique).

La Figure 8 décrit un exemple de mise en ceuvre du matériel d’essai.
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Figure 8 — Exemple de mise eh)ceuvre du matériel d’essai

deqd données de processus sont gérées au moyen de fonctions différentes de| celles

appliquées pour les données de processus d’essai dans la méme couche, ces donnégs sont

considgrées comme non soumises a.€ssai.

5.2.7.11 Exigence relativea1’lUT

Pour ppuvoir effectuer cetessai, le fabricant de I'lUT doit définir:

I'aqresse logique des“données de processus destinataires;
I'aqresse logiquedes données de processus d’émission;

la [taille dés)*données de processus destinataires et d’émission, ces deux types de
données<doivent avoir la méme taille;

la pasition du bit d’essai dans les données de processus destinataires avec le masque des

autkesbits—aqui-doiventrester fixes au cours-de lessai:
PHS—-gHH-a-e-HN 8- te—H-> S HH-S—-G6— <H-

la position du bit d’essai dans les données de processus d’émission;

le temps de configuration maximal du registre (pour définir le temps minimal entre la
Process_Data_Response des données de processus destinataires et |la
Process_Data_Request des données de processus d’émission). Le temps de configuration
doit étre inférieur a 511 ms;

la liste de toutes les autres données de processus d’émission (données de processus
d’émission d’application);

les moyens et la procédure d’invalidation des données de processus d’émission d’essai
(les données de processus d’émission avec le bit d’essai).

Un exemple d’exigences relatives a I'lUT est donné ci-apreés

adresse de données de processus destinataires = 3368;
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e adresse de données de processus d’émission = 3360;

o (tail

le des données de processus destinataires ou d’émission = 16 bits (FC = 0);

e masque des données de processus destinataires = 0111 1111 0000 x000 (le bit d’essai

est

BIT3, les autres bits sont fixes);

e position du bit d’essai dans les données de processus d’émission = BITS5;

e temps de configuration maximal du registre = 2 ms;

e données de processus d’émission d’application = 25 (128 bits), 26 (64 bits);

e commande d’invalidation = connexion de I'interface de champ de signal de veille au GND.

5.2.71

L’équipement d’essai doit fournir un dispositif MVB de classe 4 ou supérieurne” (di
maitre).

La liste périodique de l'administrateur de bus doit inclure deux données de pro

progra
doiven

De plu
intellig

Ce di
progra

Il est
esclav

Le falricant de I'lUT ne peut demander aucune exigence supplémentaire éman

I'équip

la listel périodique). Tous les moyens nécessaires a la configuration de I'lUT dans le

d’essa

5.2.71

Il doit
donné
chaqu
destin

Sauf
séque

.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

mmables (deux pour chaque type de taille). L'adresse et la ‘période d’interrd
[ étre programmables pour chaque donnée de processus.

5, 'équipement d’essai doit fournir un dispositif MVB delclasse 1 ou supérieur|
ence locale (dispositif esclave).

spositif doit étre capable de publier des~‘données de processus d’én
mmables (adresse et taille).

possible que les deux dispositifs susmentionnés soient le méme dispositif (ma3

).

ement d’essai (par exemple, 'tfilisation des données de processus d’applicatio

doivent étre préparés pdr.ée fabricant de I'lUT.
.3 Mode opératoire
bxister, pour chiagque donnée de processus destinataire d’essai souscrite par I'lU

s de processus d’émission publiées par I’équipement d’essai. Il doit existe
donnée de processus d’émission d’essai publiée par I'lUT, des données de pro
taires sbuscrites par 'équipement d’essai.

spositif

Cessus
gation

e avec

hission

itre et

ant de
n dans
mode

T, des
, pour
Cessus

st une

pé€cification différente, une « donnée de processus destinataire d’écriture » e

par les

données de processus_destﬂwataires d’essai de I'lUT, et la Process_Data Response
correspondante envoyée par I’équipement d’essai.

Sauf spécification différente, une «requéte de donnée de processus d’émission de lecture»
est une Process_Data_Request avec spécification de la taille et de I'adresse par les données
de processus d’émission d’essai de I'lUT.

La séq

uence d’essai est la suivante:

a) L’équipement d’essai doit envoyer une séquence de «données de processus destinataires
d’écriture» et de «requéte de données de processus d’émission de lecture» (séparées par
le temps de configuration déclaré) et comparer le bit d’essai dans les Frame_Data
envoyées (qui peuvent étre différentes des Frame_Data précédentes envoyées) avec le

bit

d’essai des Frame_Data provenant en définitive de I'lUT.
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Les Frame_Data des «données de processus destinataires d’écriture » doivent contenir la
partie fixe comme spécifié dans le masque des données de processus destinataires par le
fabricant de I'lUT, et le bit d’essai pouvant changer a chaque cycle.

L’essai est satisfait si la réponse de I'lUT est une trame esclave de taille correcte pour
chaque « requéte de données de processus d’émission de lecture » et si le bit d’essai
dans les Frame_Data de ces réponses est égal au bit d’essai dans les Frame_Data
envoyées par I'équipement d’essai.

Cette étape d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés;

L’équipement d’essai doit envoyer une séquence de « données de processus destinataires
d’écriture » et de «requéte de données de processus d’émission de lecture » (séparées
par le temps de configuration déclaré) en utilisant, pour les « données de processus
degtinataires d’écriture », différentes tailles parmi celles déclarées dans les dopnges de
processus destinataires spécifiques, puis comparer le bit d’essai dans les Eram¢ Data
enJyoyées (qui doivent étre différentes des Frame_Data précédentes envoyées)-avegr le bit
d’epsai dans la réponse Frame_Data de I'lUT.

L’epsai est satisfait si la réponse de I'lUT est une trame esclave de, taille correcte pour
chdque « requéte de données de processus d’émission de lectureny.et si le bit gd’essai
dans les Frame_Data de ces réponses est identique au précédent' dans les Framé¢_ Data
regues.

Cefte étape d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés;

L’épuipement d'essai exécute la procédure d’invalidations des données de progessus
d’émission sur I'lUT. Il doit par ailleurs envoyer une séquence de « données de progessus
degdtinataires d’écriture » et de « requéte de données de processus d’émission de
lecture » (séparées par le temps de configuration déclaré).

L’epsai est satisfait si la réponse de I'lUT est une‘trame esclave de taille correcte dpnt les
Frame_Data sont réglées a des valeurs non.valides sans tenir compte de la valeur du bit
d’epsai dans les Frame_Data envoyées pariéquipement d’essai.

Ceflte étape d’essai est achevée lorsque10 cycles ont été exécutés;

L’épuipement d’essai doit envayer la Process Data Request de [I’engsemble
complémentaire de la liste de tous)les ports émetteurs (données de processus d’émission
d’epsai + données de processus d’émission d’application). Les données de progessus
d’émission non fournies patFIUT doivent étre demandées dans toutes les taille$ (cing
Prqcess_Data_Request), les données de processus d’émission fournies par I'lUT doivent
étr¢ demandées dans toutes les autres tailles (quatre Process_Data_Request).

L’'epsai est satisfait €n'cas de non réponse permanente de I'lUT (pas de trame escldgve).

Celte étape d’essai‘est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés.

NOTE Pour effectugr cet essai, le dispositif de classe 1 ayant la capacité de calcul, et qui fait partie intégrante de
I’équipement d'essai, est désactivé de maniére passive (aucun port émetteur ne doit étre publié). Par congéquent,
I'adminigtrateuryde bus de I’équipement d’essai utilise une liste périodique appropriée qui interrompt I'interrogation

du

Process| Dafa Request décrite dans I'essai

dispositif désactivé. Un logiciel spécifique, chargé dans [I'équipement d’essai, exégute la

La couverture de I’essai est indiquée ci-aprés.

L’étape 1 de cette procédure couvre la vérification des exigences 7.4.1.1, 7.4.1.4 et 7.4.1.5
de la CEIl 61375-3-1. La propriété d’indivisibilité du tampon interne de I'lUT n’est pas vérifiée.

L’étape 2 couvre la vérification du fait que le dispositif est capable de « ne pas accepter une
trame esclave si le F_code indique une longueur de trame différente de la longueur
configurée pour cette adresse logique, comme I'exige 7.4.1.5 de la CEl 61375-3-1.

L’étape 3 vérifie les exigences 7.4.1.4 de la CEl 61375-3-1.

L’étape 4 de la procédure vérifie les exigences 7.4.1.4 de la CEl 61375-3-1.
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L’exigence définie en 7.4.1.5 et spécifiée comme “un tampon destinataire doit prévoir un
moyen d'indiquer la date de sa derniére mise a jour » n’est pas vérifiée par cet essai.

Tous les essais doivent effectuer les vérifications au minimum avec un type de taille de
données de processus destinataires et un type de taille de données de processus d’émission.

5.2.7.2 Essai de grande étendue

Cet essai est applicable aux classes 2, 3, 4 et 5.

L'IUT doit fournir cinq données de processus destinataires (données de processus

i toie & PoNAY $ HZWNED= P a B .. A dnmicaiaon(daona A 4 P
deStIn’ AT S U oooar) ©T Oy Ut TS UC pPTUCTSSUS U OIS STOTT (UoTTio TS Ut ,.ouGSSUS

d’émispgion d’essai) qui ne sont pas nécessairement dédiées aux seules fins d’essai,

Chacupe des cinqg données de processus destinataires d’essai et des cing.donnges de
processus d’émission d’essai doit représenter un type de taille différentndes donnges de

processus (FC =0 .. FC=4).

Au niyeau de la couche d’application, chaque réception d’une'“donnée de progessus
destinataire d’essai par I'lUT doit entrainer la copie de la valeur écrite dans son port dans le

port dg la donnée de processus d’émission d’essai correspondante’(avec la méme taillg).

L'utilisption de ces données de processus d’essai peut exiger un code d’application ¢’essai

spécifigue avec le dispositif.

Le code d’application d’essai doit utiliser les mémes fonctions d’accés qui sont utiliséeq par le
code dlapplication chargé dans le dispositif lorsque la conformité est revendiquée et declarée

par le fournisseur de I'lUT dans la mise en ceuvre réelle.

5.2.7.21 Exigence relative a I'lUT

Pour ppuvoir effectuer cet essai, le fabricant de I'lUT doit définir:

I'aqresse logique des cing données de processus destinataires d’essai;
I’aqresse logique des cing données de processus d’émission d’essai;

le temps de configuration maximal du port émetteur (pour définir le temps minimal gntre la
Prdcess _Data Response des données de processus destinataires bt la
Prdcess_Data_Request des données de processus d’émission correspondantes).| |l doit
étre inférieur, 2’511 ms;

la liste de\toutes les autres données de processus d’émission (données de progessus
d’émission d’application);

les|moyens et la procédure d’invalidation de toutes les données de processus d’émission
d’eSsat (commande d mvatidationy;

les moyens et la procédure d’indication de la derniere mise a jour des données de
processus destinataires (indicateur du temporisateur de rafraichissement), ainsi que la
période minimale et maximale a utiliser dans I’essai en vue de leur indication (temps
d’essai de rafraichissement).

Un exemple d’exigence relative a I'lUT est donné ci-aprés:

adresse de données de processus destinataires = 1 (16 bits), 2 (32 bits), 3 (64 bits), 4
(128 bits), 5 (256 bits);

adresse de données de processus d’émission = 6 (16 bits), 7 (32 bits), 8 (64 bits), 9 (128
bits), 10 (256 bits);

temps de configuration maximal du port émetteur = 0,5 ms pour tous les ports émetteurs
d’essai;
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e données de processus d’émission d’application = 25 (128 bits), 26 (64 bits);
e commande d’invalidation = Invalidate_Port(address) de I'interface de service de I'lUT;

e indicateur du temporisateur de rafraichissement et temps d’essai de rafraichissement =
interface de service de I'lUT (commande Get Refresh_Time_ Port(address)) avec une
période de 5 s a 1 min.

5.2.7.2.2 Exigence relative a I’équipement d’essai

L’équipement d’essai doit fournir un dispositif MVB de classe 4 ou supérieure (dispositif
maftre).

La Iis1|e périodique de l'administrateur de bus doit inclure dix données de professus
programmables (deux pour chaque type de taille). L’adresse et la période d’interrogation de
chaque donnée de processus doivent étre programmables.

De pluks, I'’équipement d’essai doit fournir un dispositif MVB de classe 1,ou-supérieurg avec
intelligence locale (dispositif esclave).

Ce dippositif doit étre capable de publier des données _,de’ processus d’émission
programmables (adresse et taille).

Il est possible que les deux dispositifs susmentionnés soient le méme dispositif (maitre et
esclave).

Le fafricant de I'lUT ne peut demander aucune:exigence supplémentaire émanant de
I’équipement d’essai (par exemple, 'utilisation des"données de processus d’application dans
la listel périodique). Tous les moyens nécessaifés a la configuration de I'lUT dans lg mode
d’essa| doivent étre préparés par le fabricant de I'lUT.

5.2.7.2.3 Mode opératoire

Il doit exister, pour chaque donnée-de processus destinataire d’essai souscrite par I'lUT, une
donné¢ de processus d’émissionpubliée par I’équipement d’essai.

Il doit [exister, pour chaque. donnée de processus d’émission d’essai publiée par I'lUT, une
donnée¢ de processus destinataire souscrite par I'’équipement d’essai.

Sauf gpécification~différente, une « donnée de processus destinataire d’écriture » st une
séquernce compesee:

e d’uhe Process_Data_Request, dont la taille et 'adresse sont spécifiées par les données
de |pracessus destinataires d’essai de I'lUT comme défini dans les PIXIT appropriées,
grhére o ) X

e de la Process_Data_Response correspondante envoyée par les données de processus
d’émission de I’équipement d’essai.

Sauf spécification différente, une « requéte de données de processus d’émission de lecture »
est une Process_Data_ Request, dont la taille et I'adresse sont spécifiées par les données de

processus d’émission d’essai de I'lUT comme défini dans les PIXIT appropriées, et générées
par le BA de 'équipement d’essai

5.2.7.2.31 Temps de cycle des ports

Pour la vérification par essai de la capacité des données de processus, certaines
caractéristiques concernant le temps de cycle des ports utilisés doivent étre expliquées.

— Le cycle_1024 constitue I’ensemble de la Periodic_List.
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— La période de base est égale a 1 ms.

— La Split_List, qui contient le nombre de trames maitres a envoyer dans chaque période de
base, est mise a 1 dans chaque index: un seul port est interrogé pour chaque période de
base.

F_code et Adresse identifient le port:

e les quatre bits de poids fort du mot de 16 bits représentent le F_code;

e |les douze bits de poids faible représentent 'adresse.

< Frame_dat >
F _code Address
N _/
Légende
Anglais Francais
Adgldress Adresse

Figure 9 — F_code + Adresse

Reprégentation conventionnelle:

F_codé+Adresse > Port x
Port 1 Port_1 destinataire
Port 2 Port_2 destinataire
Port 3 Port_3 destinataire
Port 4 Port_4 destinataire
5
6
7

Port Port_5 destinataire
Port Port_1 émetteur
Port Port_2 émetteur
Port 8 |Port_3 émetteur
Port 9 |Port_4-émetteur
Port 10 |Port-5-émetteur

La structure d’'uncycle_1024 général doit se présenter comme suit:

Tablegu de 1024 éléments

2 Port:y
3 Port_z
1024 |Port_y

La structure du cycle_1024 dans ce cas spécifique doit se présenter comme suit:

Tableau de 1024 éléments

1 Port_1
Port_2
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3 Port_3
4 Port_4
5 Port_5
6 0

7 0

8 0

9 Port_6
10 Port_7
11 Port_8
12 Port_9
13 Port_10
14 0

15 0

16 0

17 Port_1
18 Port_2
19 Port_3
20 Port_4
21 Port_5
22 0

23 0

24 0

25 Port_6
26 Port_7
27 Port_8
28 Port_9
29 Port_10
30 0

31 0

32 0
1009 |Port_1
1010 |Port_2
1011 |Port_3
1012 |Port_4
1013 |Port_5
1014 |0
1015 |0
1016 40O
1017 Port_6
1018) |Port_7
1099 |Port_8
1020 [Port_9
1021 |Port_10
1022 |0

1023 |0

1024 |0

L’adresse de port ‘0O’ représente une interrogation d’adresse non existante.
Le cycle_1024 est achevé en 1024 s.

Il convient qu’un cycle 16 permette d’interroger les 10 ports déclarés, mais la nécessité
d’exécuter d’autres essais avec interrogation de 16 ports ou plus suggere un cycle plus long
(cycle_1024), avec toutefois les mémes effets pour les 10 ports déclarés:
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le cycle_16 hypothétique qui compose les 16 premiers éléments du cycle_1024, doit étre
répété pour couvrir les 1024 éléments du cycle_1024.

Exemple:

L'IUT a déclaré le port destinataire/émetteur suivant:

F _code | Adresse Type
0 10 Destinataire
1 11 Destinataire
2 12 Destinataire
3 13 Destinataire
4 14 Destinataire
0 15 Emetteur
1 16 Emetteur
2 17 Emetteur
3 18 Emetteur
4 19 Emetteur

La repfésentation hexadécimale devient:

Port 1 |0x000A
Port 2 |0x100B
Port 3 |0x200C
Port 4 |0x300D
Port 5 | 0x400E
Port 6 | 0x000F
Port 7 | 0x1010
Port_ 8 | 0x2011
Port 9 | 0x3012
Port 10 | 0x4013

Le cycle_1024 correspondant est le suivant:

1 0x000A
2 0x100B
3 0x200C
4 0x300D
5 0x400E
6 0
7 0
8 0
9 0x000F
10 0x1010
11 0x2011
13 0x4013
14 0
15 0
16 0
17 0x000A
18 0x100B
19 0x200C
20 0x300D
21 0x400E
22 0
23 0
24 0
25 0x000F
26 0x1010
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27 0x2011
28 0x3012
29 0x4013
30 0
31 0
32 0

1009 | 0x000A
1010 | 0x100B
1011 0x200C
1012 | 0x300D
1013 | 0x400E

1014 0
1015 0
1016 0

1017 | 0x000F
1018 | 0x1010
1019 | 0x2011
1020 | 0x3012
1021 0x4013

1022 0
1023 0
1024 0

5.2.7.2.3.2 Etapes

Pour chaque couple de données de processus. destinataires-d’émission, I’équipement ¢’essai
doit effectuer les essais suivants:

a) I'équipement d’essai doit envoyer une séquence de « données de processus destinptaires
d’égriture » et de « requéte de données de processus d’émission de lecture » (séparées
par le temps de configuration déclaré) et comparer les Frame_Data envoyées (qui doivent
étre différentes des Frame-'Data précédentes envoyées) avec les Frame_Data proyvenant
en définitive de I'lUT.

L’epsai est satisfait_sivla réponse de I'lUT est une trame esclave de taille correcte pour
chdque « requéte~de’ données de processus d’émission de lecture » et si toutes les
Frgme_Data de(ces réponses équivalent aux Frame_Data correspondantes envoydes par
I’éduipement d'essai.

Cefte étapé d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés;

b) I'équipeément d’essai doit envoyer une séquence de « données de processus destinptaires
d’égritdre » et une « requéte de données de processus d’émission de lecture » (séparées
pa te tcnlpo te uunf;guu:lt;un déu:alé) e ut;:;oant, POt tes—«—dormées—de processus
destinataires d’écriture », une taille différente4 de celle déclarée dans les données de
processus destinataires spécifiques, et comparer les Frame_Data envoyées (qui doivent
étre différentes des Frame Data précédentes envoyées) avec les Frame_ Data
précédentes de la méme réponse de données de processus d’émission provenant de
FUT.

L’essai est satisfait si la réponse de I'lUT est une trame esclave de taille correcte pour
chaque « requéte de données de processus d’émission de lecture » et si toutes les
Frame Data de ces réponses sont identiques a celles des Frame Data précédentes
regues.

Cette étape d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés;

4 Sj les “Données de processus destinataires d’écriture” déclarées par I'lUT contiennent F_code=1, I'essai
prévoit 4 données écrites a 'aide de la méme adresse, mais avec les quatre autres F_code (0,2,3,4).
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c) l'équipement d’essai doit exécuter la procédure d’invalidation, disponible sur I'lUT, des
données de processus d’émission.

L’équipement d’essai doit envoyer une séquence de « données de processus destinataires
d’écriture » et d'une «requéte de données de processus d’émission de lecture »
(séparées par le temps de configuration déclaré).

L’essai est satisfait si la réponse de I'lUT est une trame esclave de taille correcte dont les
Frame_Data sont mises a des valeurs non valides sans tenir compte de la valeur du bit
d’essai dans les Frame_Data envoyées par I’équipement d’essai.

Cette étape d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés;

d) I'équipement d’essai doit envoyer une sequence de « données de processus destinataires
d e it I T nt la ~nAriad~ Ala daccnl daorafralchicoaman 1 L t|||Sant
crittre—en—utiisart-ta—périede—minimale—d-essa-de—rafratehissement—pais—en

la période maximale d’essai de rafralchlssement

L'epsai est satisfait si, pendant sa durée, l'indicateur du temporisateur deg port
d’afptualisation affiche une valeur appropriée pour chaque période ."d’esgai de
raffaichissement.

Cefte étape d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés;

e) I'édquipement d’essai doit envoyer la Process_Data_Request de I'ensemble
complémentaire de la liste de tous les ports émetteurs (données(de processus d’émission
d’epsai + données de processus d’émission d’application).\Les données de progessus
d’émission non fournies dans I'lUT doivent étre demandées dans toutes les tailleg (cing
Prqcess_Data_Request), les données de processus d’émission fournies dans I'lUT doivent
étr¢ demandées dans toutes les autres tailles (quatreProcess_Data_Request).

L’essa| est satisfait en cas de non réponse permanente de I'lUT (pas de trame esclave)
Cette g¢tape d’essai est achevée lorsque 10 cycles ont été exécutés.

L’essal est a présent arrété, et I'appareilid’essai doit attendre 'achévement de la période
maximple d’essai de rafraichissement.

La couperture de I’essai est indiquée Ci-apres.

L'étap¢ 1 de cette procédure‘couvre la vérification des exigences 7.4.1.1, 7.4.1.4 et [.4.1.5
de la QEI 61375-3-1. La propriété d’indivisibilité du tampon interne de I'lUT n’est pas vérifiée.

L’étap¢ 2 couvre la_vérification du fait que le dispositif est capable de « ne pas accepfer une
trame |esclave si<le’F_code indique une longueur de trame différente de la lopgueur
configyrée pour.cette adresse logique, comme I'exige 7.4.1.5 de la CEI 61375-3-1 ».

L’étape¢ 3, vérifie les exigences 7.4.1.4 de la CEl 61375-3-1.

L’étape 4 de la procédure vérifie les exigences 7.4.1.4 de la CEl 61375-3-1.

L’exigence définie en 5.4.1.5 et spécifieée comme « un tampon destinataire doit prévoir un
moyen d'indiquer la date de sa derniere mise a jour » est vérifiée par cet essai, de par la
capacité de I'lUT a communiquer la temporisation de la période maximale d’essai de
rafraichissement.

5.2.7.3 Essai personnalisé

Cet essai est destiné a effectuer un contréle sur un dispositif MVB la ou I'essai simple ou
I'essai de grande étendue ne peut pas étre exécuté. Pour cette vérification, I'équipement
d’essai et la procédure d’essai doivent étre fournis par le fabricant de I'lUT; ces derniers
doivent étre mis en ceuvre selon les contraintes et les directives indiquées dans les
paragraphes suivants.
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Le laboratoire d’essai est responsable de la réalisation de I'essai et ne rend compte que du
résultat.

5.2.7.3.1 Identification des données de processus

Chaque donnée de processus de I'lUT concernée par I’essai doit étre déclarée comme suit:

a) indicatif mnémonique;

b) taille;

c) adresse logique;

d) type (destinataire, d’émission, bidirectionnel).

5.2.7.3.2 Echantillon de données de processus

Chaque donnée de processus de I'lUT concernée par lI'essai doit étre caractérisee par

I'attribdit de testabilité suivant:

a) fréquence minimale et maximale d’interrogation des données de proeessus;

b) autres contraintes d'accés (état du dispositif, séquence avec d’autres donndes de
processus destinataires, etc.).

Toutes les données de processus doivent étre divisées en, sous-groupes ayant la|méme

particularité. Un échantillon de chaque sous-groupe de données de processus ddit étre

soumiq a essai.

5.2.7.3.3 Conditions d’essai des données de'processus

Dans |e cas des dispositifs soumis a un essai personnalisé, certains bits des pqrts de

donnégs de processus de I'lUT peuvent ne pas étre exposés.

Pour ppuvoir effectuer I'essai, le fournisseur de I'lUT doit fournir, dans les PIXIT appropriées,

les dispositifs de lecture ou de forcage’'de ce type de ports.

Les cqgnditions et la séquence,de modification des ports doivent étre décrites de maniére

détaillge par le fournisseur de I'lUT.

5.2.7.4 Mode opératoire

Pour chaque échantillon de données de processus, le mode opératoire doit étre confofme au

cadre
a) ide
b) dég

Euivant:

ntifier les données de processus;

rire’le groupe d’échantillons de données de processus;

décrire les conditions d’essai;

d) décrire le banc d’essai;

e) décrire la séquence de fonctionnement;

f) décrire les critéres de satisfaction de I'essai (avec référence a la PICS).
5.2.7.4.1 Réalisation de I’essai

Les deux paragraphes suivants énumérent les paragraphes de la CEI 61375-3-1, et les
questions appropriées que I'essai doit vérifier.
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5.2.7.41.1 Données de processus d’émission

L’application de I'essai doit traiter les exigences de la CEl 61375-3-1 suivantes déclarées au
début des phrases suivantes:

7.4.1.1 de la CEI 61375-3-1 - L'esclave qui constitue la source des données de processus
correspondant a l'indicatif dans la Process_Data_Request répond-il par une
Process _Data Response ?

7.4.1.4 de la CEI61375-3-1 — le dispositif IUT qui constitue la source des données de
processus lit-il le contenu de son tampon source et le transmet-il en une opération indivisible
dans la trame esclave ?

7.4.1. =3-1 — = - de la
Proceqs_Data_Request indique une longueur de trame différente de la longueur configurée
pour ce¢tte Logical_Address ?

7.4.1.4 de la CElI 61375-3-1 — Le tampon source du dispositif IUT fournit-il le: moyen d'étre
écrasé|par des « 0 » pour invalider ses données ?

5.2.7.41.2 Données de processus destinataires

L’essal doit étre appliqué de sorte que les exigences suivantes de 1a-CEl 61375-3-1 dé¢larées
au début de chacune des phrases suivantes soient traitées:

7.4.1.9 de la CEIl 61375-3-1 — le dispositif IUT, lorsqu’il collecte des données de prodessus,
archive-t-il la trame dans le tampon correspondant (port),.écrasant ainsi le contenu précédent
de ce fampon en une opération indivisible avec le contenu‘de la trame regue par le bus|?

7.4.1.9 de la CEI 61375-3-1 — Le dispositif IUT, lorsqd’il collecte des données de prodessus,
n’accepte-t-il pas une trame esclave si le F_code,indique une longueur de trame différgnte de
la longueur configurée pour cette Logical_Address“?

7.4.1.9 de la CEI 61375-3-1 — Le tampon destinataire du dispositif IUT fournit-il un [moyen
d'indigler la date de sa derniére mise a jour'?

5.2.8 Suite d’essais de capacité de'données de messagerie esclaves

Un esgai normalisé doit étre appliqué a I'lUT afin de faciliter la réalisation de l'egsai de
capacifé de données de messagerie. Comme déja évalué dans la capacité de donng¢es de
procespus, l'utilisation d’un .essai normalisé présente certains avantages: exécution fapide,
faible ¢olt, erreur réduite.én cours d’essai, couverture d’essai définie.

Le typg d’essai suivantpeut étre appliqué:

a) esdai normalisé (sur un dispositif avec un essai de fonctionnement dédié);
b) esdai personnalisé (autre).

5.2.8.1L_"Fssai normalisé

Pour les besoins de I'essai, ce modéle prend en compte uniquement deux dispositifs qui
participent a la communication. La Figure 10 illustre le concept d’essais de données de
messagerie, et montre par ailleurs deux dispositifs participants et trois dispositifs non
participants.
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Vehicle Bus
destination
source~M—TiaiEsii TE device -
Hégende
Anglais Francais

Ve¢hicle bus Bus de véhicule

Destination Destinataire

S¢urce source

Ofigin Origine

TE device Dispositif TE

Figure 10 — Concept d’essais de données de messagerie

Les copventions générales suivantes s’appliquent:

a) mepsage destinataire d’essai;‘dennée de messagerie regue et traitée par I'lUT;
b) mepsage source d’essai: donnée de messagerie envoyée par I'lUT;

c) I'lUT doit comporter des zones de mémoire, chacune de ces zones étant constitiée de
plupieurs éléments econsécutifs identiques, dont la taille est un multiple entier d’un octet,
chgque octet ayant une adresse. L’alignement est le suivant:

e |[si la taillesd’un élément est de 1 octet, la zone de mémoire peut commencer|a une
gdresse paire ou impaire;

e |si lattaille d'un élément est de 2 octets, la zone de mémoire doit commencer|a une
gdresse paire;

° civnla tailla A'un Aladmant act dAa A actate 1o 2ona da mAamaira dolt commancaor é une
StH—ta—taHre—a—uH—e8+e e Ht—est—a8— ra—2%40+H ae—eHoHe—cot—coHHehRce

adresse divisible par 4.

Le processus de données de messagerie implique le TE comme appelant-émetteur et I'lUT
comme répondeur. La Figure 11 illustre le modéle d’essai.
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Figurg 11 — Modéle de la relation entre TE et lUT pour essais de données de mess
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a I'lUT. L'IUT recoit le.message de réponse émis par le TE et copie le chgmp de
donnég¢s en réponse a ce dernier. Une temporisation de I'lUT est réglée par le TE par
une temporisation du TE étant réglée par I'lUT par rapport au TE.
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Figyre 12 — Retation entre TE et IUT en cas d’essai de I'lUT utilisée comme app¢glant

La coyche(Transport fonctionne avec les sept types de paquets illustrés a la Figure

champ|dt{data est le plus couramment utilisé.

13. Le
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Message or_pack_size cr_session_header
Transport i
Control cr_credit —I I_ / /
polwork ‘l CR cr_conn_ref cr_msg_size cr_data
header
bits: 8 16 32 4 4 8 I
up to 112 bits
cc_credit
I_I— cc_pack_size
network
head CC ! cc_conn_ref
8 bits 16 4 4
network DR |dr_reason
header
8 8
nemwolk DC |dc_reason
header -
8
/]
nework I dt_déta / /
header
4 1 |3_ up to 176 bits in MVB, 984 bits on WTB I
dt_e —l dt_seq_nr
network
headdr AK ak_seq_nr
4 13
network
NK k
headef nr-seq
4 1 3
Uégende
Anglais Francais
Mpessage transport control Contrble de transport des messages
Network header En-téte réseau
Up to Jusqu’a
Upto...in...on ... Jusqu’a ... en ... surle ...
Figure 13 — Format des paquets (corps de la couche Transport)
5.2.8.2 Vérifications de I'IUT

L’IUT doit:

copier les dt_data d’'une donnée de messagerie spécifique regue par les dt_data du message
de réponse (soumet I'lUT a I’essai comme répondeur).

Elle doit vérifier si le premier octet des dt_data du message regu est 0x83. Dans ce cas, elle
doit utiliser les quatre octets suivants des dt_data comme AM_ADDRESS de sa réponse.
L'IUT doit utiliser les données restantes comme les dt data de ce message de réponse;
lorsque I'lUT recoit la réponse a ce message, elle peut transmettre la réponse du premier
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